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CNombre: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC IDENTIFICACION 

Dirección: 401 N. Lake Street, Neenah, . C.C. I I NIT F-1 
S0LICITANTE Wisconsin 54956, E.U.A. 

(71) Nacionalidad 0 Domicile : ESTADOUNIDENSE C.E. El °° 1:1 
Lugar de ConstitucEón: ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA -. . Cual  

TelØfono: Fox:  
E-mail: 

NUmaro 

IDENTIFICACION 

0 Nombre: J. IAN RAISBECK 
CCIXINIT F7 

REPRESENTANTE DirecciOn; World Trade Center Torre A, Cal le 

0 AP0DERADO 100 NO 8A-37 Pisa 10 CE. I I Otro 
TelØfono: 601-7700 Fax: 601-7799 Cual  
E-mail: ofriceolarteraisbeck,com Nmero 79.376.996 Btâ 

TP 135.799 

Nombre: VER ANGINA ADIUNTA 

C  Dlrección VFR PAmNA An1IJrITA 

INVENTOR (ES) 

Naclonalldad 0 Domlcillo: VER PAGINA ADIUNTA 

PCT (86) 

Solicitud Internecionar No. PCT/US2006/025453 Fecha Junio 29. 2006 

Publicación Interriacional No. WO 2007/008444 Fecha Enero 18, 2007 

TitUlO (54) PAæO LIMPIADOR PARA CUARTOLIMPIO 

ClasificaclØn Internaciorial (51) D049 1J00 A47L 13/16 

(33) Paps de Origen 1 (32) Fecha (31) Numero de Solicitud 
Prioridad USJulio II, 2005 60/698.116 

us Diciembre 2 2005 11/292.650 
siIxINoI I  
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63ANEXOS 

comprobonte de pavo de Is taco de presentocbn de in solicittid. 

flgourmand qua  acred Ita Is existence 
y 

represe ntecin legal cua,l ci soil ci tante sea persona turreted 

Poderes, ci tuere as caso. Van EXpedIent No. 06-035.337. Adlunto Copla Simple 

Ooc ime 0th Ce eased del inventor al soil cita nte o a a, CC U sante. 

Decloraciofles. 

F71 CREW it,  Ia 5011ditudinte ma ciona’. (RCSU men! d escri pciôn, re IvindicacIones dl b UjOS). 

17 TradUcciârt de Ia solIcftud lntemaclonal ci castellano. (nasUmen, cJecripcion, rsjvIndlcaciones, dibUjos). 

Copia del examen preli miner moral I erectuado per La A Utoridad International its  Na men Preilmina E (IPEA). 

TradUcción del examen preliminar internaclonal erectUedo par la PEA. 

De 5cr el ceso, copia del contrato de acceso. 

oe ser el ceso, d OCU mento qua acreage la lice ncia 0 5 Utoriza ci on de use de Co nocimie ntoS tra d Idotsa let de I as fl comUnidades indigenas. 

Os ear el case, certilicado de depslto del material biologico. 

Arts Final 12 x 12. 

5cr el tax, Intermit sobre atlas seilciwdes an potente 0 tituios obtenidos en ci extronjero pore’ lI,iSnlO 
flDC

 

titular 0 $ U Ca U sante rela ci onoda s pa rcia I C totalmente Con In invenclon its all soLlcitU. 

ElCe 5cr ci case, mod Ificaciones erectU aCes a la sol IcitUd I ntema Ci On al. 

Otros. BSqueda Internacional 

63 FIGIJRA CARACTERISTICA: 

63Soliolto Its concesion de la patente,
 

NOMBRE: J IAN RAISBECK FIRMA: Lt \ JAAL 
CC. 79.376.99e BtS T.P.gs___. 
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LISTA DE INVENTORIES PCT/US20061025453 

LORI ANN SHAFFER, 
585 O(de Lauren Court, 
Alpharetta, Georgia 30022 
Estados Unidos de America 
Njacionalidad: Estaunidense 

ALl YAHIAOUI, 
5040 Foxberry Lane, 
Roswell, Georgia 30075 
Estados Unidos de America 
Nacionalidad: Estaunidense 

EUGENIO GO VARONA, 
3309 Woodrun Trail, 
Marietta, Georgia 30062 
Estados Unidos de America 
Niacionalidad: Estaunidnse 
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A 
TradUCción Oficial No. 04-104 

Efectuada ci die 2 de marzo de 2004, de Un docurnento escrito 
en Ingles, al cual pars all identiuicaciOn Se le estampa ci 
seilo de Sergio AndrØs Sunda Iglesias, Treductor C Intrprete 
OiLciar par ResoLuciârL to. 0138 do Febrero 11 do 2002 
expedida por el Ministerlo de Justicia de la Repbiica de 
Colombia. 

Traduooiôn oficial de las autentloaciones notariales y 

subsiguientes correspondientes a un Loder otorgado por 

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., a Caries R. Olarte, Wa James 

Ian Raiseok V/0 Ana Maria Friend, documento este que viene 

an espanol y Se expiica por Si solo. 

La firma y cargo de Thomas J. Mielke coma Vicepresidente de 

Kimbarly-Ciark Worldwide, Inc fueron debidamente 

certificados par ci Notarin pübiico Melissa A. Blob, quien 

tuvo a to vista ci Consentimiento t?nanime per escrito de Is 

unta DirectYa an lugar on Mawblea Anaa1 feohado at 24 dt 

abril de 2003 y la Escritura de ConstituciOn del 7 de octubre 

de 1996. 

La firma del Notarlo rue certjjicada asi: 

ESThDO DE WISCONSIN 
Of iina do Is Secretaria de Estado 

APOSTILLA 

(Convencithn de La Days del S de octubre do 1961) 

1. Pals: Estadoll Uflidos de P.mØrica 
a 

SGIO ANDES RIJEDA IGLESIAS 
C. C. O.124 173 

TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL 
fltt - I SLIS FP 00 L 

flSOLUCIDN No.0138 DE nDR3 114002 
MEN III SflRIO DC JIJSTLCIA 1 DEL DRtCXO 





Oficina del Socrotailo do Estado 

APOSTILLA 
(Convenciôn do La Haya del 5 de octubre do 1961) 

I, Pals: Estados Unidos de AmØrca 

El presents docurnento püblico: 

2. Fue ii,rnado par Kern R. Van Asteii 

3. Quo aotuo an so call do Wotanic Publico del Estado da Wisconsin 

4. Lleva el sello del notaria pbIico mencionado 

So cerlifico an: 

5. Madison, Wisconsin 

El II dedciembrede2OO7 

7. Per parte del Secretarlo do Estado do Wisconsin 

8. Dajo ol NUmero 160140 

9. Aparece Gran Sella del Estado do Wisconsin 

10. Firmado par Douglas La Follette, Secretarial de Estado 

Esla apOorra eoIo confirma In Worded de Is porona enuncida en el numeral 2. Esto no sIgoIea quo el 

contertido del cjoourmiento adjunto este corrode, o out el Secretario do Esisdo aprtjebe dicho contenido. 
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C 

Caso No. #64047865C014 (21772A) Colombia 

CRTIFICACION 

ESTADO DE WISCONSIN 

CONDADO DE WINNEBAGO 

Per Is presonte cortifico quo oI documento adjunto corresponds S una copia tiel del 

deournento original do oesiOn a favor de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

reslizada par Lori Ann Shaffer, All Yabiaoui, Shannon Ashley y Fred Ashley an 

relaciOn con el asunto revelado an una solicitud de patente de los Estados Unidos 

titulada PMIO LIMPIADOR PARA GUARTO LIMPIO, firrnada for All ’fahiaoui e 

29 de jurva de 2006 Lori Ann Shatter y Fred Ashley el 7 de julio de 2006. 

Fecha: 5 do diciornbTe be 2007 

(Fdo.) Kern R. Van Asten, Notario PUblico, 

Cuyo cargo expire el 26 de jun10 de 2011. 

Loaizacôn requeda) 
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En Is Oficina de Marcos y Patentee de los Estados linidos de America 

Solicitantes: Lori Ann Shaffer, All Yahiaoui, Expedionte: 21772 
Shannon Ashley y Fred Ashley 

Serial No  :60/698.116 Grupo: 
ConfirmaciOr, No. 7475 Examlnador: 
Presentado: 11 do Julio do 2005 
Pare: PAO LIMPIADOR PARA CUARTO LIMPID 

Cesion-lnventores Conjuntos 
Solicitous! Provisional 

� Ouon its  Servicios its Cesianes 
Director de Is Oficina its Marcos y Patentee 
de los Estados Unidas 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Apreciado Seæor: 

CONSIDERANDO QUE Lori Ann Shaffer domiciliado an 585 Olde Lauren Court, 
Alpharetta, Georgia 30022 y Ali Yahiaoul domlclliado an 5040 Foxberry Lane, 
Roswell, Georgia 30075 y Shannon Ashley domiciliada en 901 Blanton Street, 
Columbus! North Carolina 28722 y Fred Ashley domiciliado an 935 Blanton Street, 
Cotumbus, North Carolina 28722 (en adolante denominators conJuntamente los 
CEDENTES), han realizado on invento, y han (1) firmado previamente una 
solicltud de patente de los Estados Unidos its  America con respecto at invento, 
(2) esta contemporaneamente firmando una solicitud de Patente de los Estados 
Unidos de America Para dicho invento que as titula: 

PAO LIMPIADOR PARA CUARTO LIMPID 

CONSIDERANDO QUE, QUE, Kimberly-Clark Worldwide, Inc., una acceded 
debidamente constituida y existente se9in las leyes del Estado do Delaware y can 
domicillo principal an 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 54956, Estados 
Unidos de America, (de shore an adelante of CESIONARIO")  cases adquirir Is 
totalidad de los derechos, titulos a intends del CEDENTE sabre dicho Invento, y Is 
posterior Patente o protecclon legal similar pairs los Estados Unidos y paises 
extranjeros. 

POR CONSIGUIENTE, A QUIEN PUEDA INTERESAR: Sepal qua en 
contraprestacion at pago realizado por of Cesionarlo a favor its los Detentes por 



valor de (US$1.00 US), y a sires contraprestaciones onerosas, cuyo recibo Be 
rouse par el preente, los Cedentes, par el media del presents, venden, ceden, 
trarisfieren a favor del Cesionario, Is totalidad y exciusividad de su dereeho, tltuio 
intereses en el mencionado invento, y an todas y cualesquiera detentes 0 
proteccion legal similar an los Estados Unidos yen sus posesiones territoriales, 
en todos y cualesquiera p81509 exkan)eros quo as vayan a obtoner para el 
mencionado invento a travØs do Is mencionada solicitud, 0 de cualquier 
continuaciOn, continuacion parcLal, divisiÆn, ronovaoion, sustitucion, re-examen, 
conversion o re-expediciOn qua as haga al respecto, incluyendo todas las 
prorrogas, 0 cuaLquier equivalents legal an cualqLiier pals exlrarijero para Is 
totalidad del termino o terminos para los cuales as otorgue, incluyendo todos 
cualesquiera earaches do convencian. 

Los Cedentes par media de Is proente as comprometen a qua nose otorgarØ ni 
� celebrara ninguna cesion, vents, contexts, o gravamen, qua pueda entrar on 

contlicto con esta cesion y yenta. 
Adehias, los Cedentes as cornprometen a qua al momenta de la solicitud escrita al 
respecto, proporcionarØn al cesionaro todos los hechos y documentos pertinentes 
an jelaoiOn con Is menolonada solicitud, el mencionado invento y las mencionadas 
patented y equivalentes legales an paises extranjeros, qua Sean de conocimiento 
de los Cedentes y eaten disponibles para el mismo, y oportunamente firmara y 
entregara al Cesionado o sus representantes legales todos y cualesquiera 
documentos, instrumentos 0 declaraciones pare solicitar, obtener, manter,er, 
expedir, prorrogar, y hacer valer Is mencionada solicitud, of mencionado invento, 
las rnencionadas patentee y los rnencicnados equivalentes an cualquier pals on 
qua as considers necesario a deseable Ilevar a cabo los fines de lo antedioho. 

EN FE DE LO CkJAL, el CEDENTE as suscribe an Is techa indicada a 
continuecion: 

IV 
(firma ilegible) Lori Ann Shaffer Fecha: 7 de Julio de 2008 

(firma legible) Ali Yahiaoui Fecha: 29 de Junlo de 2006 

(firma legible) Shannon Ashley Fecha: 7 do Julio do 2006 

(firma legible) Fred Ashley Fecha: 7 de julio de 2006 
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Is 

Case #64047865C014 (21772A) 
COLOMBIA 

CERTIFICATION 

STATE OF WISCONSiN 
55 

COUNTY OF WINNEBAGO 

hereby certify that the aflached paper consVtutes a true copy of the original of a certain 

� Assignment to KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE. INC. by Lori Ann Shaffer, All Yahiaoui, 

Shannon Ashley, and Fred Ashley of the subject matter disclosed in an application for 

Letters Patent of the United States entitled 

CLEANROOM WIPER 

which was signed by the said All Yahiaoul on June 29, 2005; Lori Ann Shaffer, Shannon 

Ashley,and Fred Ashley on July 7, 2006. 

Kern ft Van Asten, Notary Public 
My Commission Expires: June 26. 2011 

(Legalization required) 
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UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

RATHERAUGUST
 OC, 2006 

P. HEREON 
PTAS 

KIMBERLY-CLOCK WORLDWIDE, INC. 

401 N- LAKE STREET 

20. BOX 349 
NEENAH] WI 549570349 

�&I77&  
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

NOTICE OF RECORDATION OF ASSICIOIENT DO WEEKEND 

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED DV THE ASSIGNMENT DIVISION OF 
THE 7,S, PATENT Aim TRALEMABE OFFICE. A COMPLETE MICROFILM COPY IS 
AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRN4E NTXSER 
REFERENCED BELOW. 

PROBEREVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE 
EFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA 
PRFSENT IN THE PATENT MID TRADEMARK ASSIGNMfl’ SYSTEM. IF YOU SHOULD 
FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY 
CONTACT THE EMPLOYER WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 571-272-3350. 
PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION r0 U.S. PATENT MID TRADEMARK OFFICE, 
MA:L STOP; ASSIGNMENT SERVICES BRANCH, P.O. Box 1450, ALEXANDRIA, VA 22313. 

RECORDATION DATE: 07/12/2006 REEL/ YEARS  012051/0716 

NUMBER OF PAGES: 4 

BRIEF ASSIGNMENT OF ASSIGNOR! S INTEREST (SEE DOCUMEET FOR DETAILS) 

t 
DOCKET 1101455W: 21772 

ASSIGNOR. 
SHAFFER, LORI ANK DEC DATE: 07/07/2006 

ASSIGNOR 
YMLIAOUI, ALT DOC DATE: 06/29/2006 

ASSIGNOR; 
ASHLEY, SHMEqON 000 DATE; 07/07/2006 

ASSIGNOR 
ASHLEY, FRED DOC DATE: 07/07/2006 

ASSIGNEE; 
KIMBERLY C HER K WORLDWIDE, INC. 
401 N. LAKE STREET 
PD. BOX 349 NESNAB, MI 54957 
NEENAR, WISCONSIN 549S7 0349 

P.O. D!( 1 450. eNWa, MrgR.1 22311.1460 - O.GO 
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In the United States Patent and Trademaric Office 

Appdicants: Lori Ann ShaQer Am Vahiaoui, Docket No 21772 
Shannon Ashley. Fred Ashley 

Serial No 6W69118 Group: 

Confirmation No: 7475 Examiner: 

Fired: July II 2006 

For: CLEANROOM WIPER 

� Anlgrnment � Joint Inventors 
Provisional Application 

Mail Stop Assignment Reoordatlon Services 
Ofrector of the US Parent and Trademark OflIce 
P.O. Box rondo 
Alexandria, VA 22313-1450 

Sir, - 

WHEREAS Lot’ Aral Shiner residing at 655 Olde Lauren Court, Aiplisrella. Caorgia 30022 and NI Yahiasul readirn it 5040 
Fore.py Lw, Roawel, cae,gte 30076 and Shannon Ashidy residlig at 901 Bnton S beet CeliA nibus, North earn Niva 25722 and 
Fred Ashley sailing at 935 Standown S beet, Columbus. North Carol hi a 25722 (hereinafter coreoliveb, aired to as Ass ignon). have 
mad, an Inventionve  and ha each sither 1) preiieia exesvtsd an application for Less,, Pofent S shad U.med States of Pumre,ta 
diereloro. (2) are oelmternporaneovaly executer5 an ap*tadoim or Len.,, Palm! of the USed Steles of Pdnieiica for He sweumoo.m 
wt*li Is enbiled: 

CLEANROOM WIPER 

N0 WHEREAS Kimberly-Clarit WorUwie. Inn., a crye.atbn of the State or Delaware. hailpig oftces at 401 NorlIm Lake Client 
Ne.nah, was.... 54956, United States ofMedca. Omarelnefte, r�Jerred as Msjgnae}. S desirous of aouIrIng the entre right, 
line and Interest in and to said idveitn and under It Letters Patent Or s%nilar idgal protection to be obtained the(er in the UntIed 
States and in any and all to reign counties. 

NOW THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: Dell Sown thanl, coreiderallon Gfthe payment Who Aseignee Be the 
Mseors of the sire or Osme US, Sugar {$1.00U.Sj and fox othe, good and vetusbhi cseaidetalion. the re4 and suiSniency of 
Mmich ii hereby arsolif life Assnc,s hereby all  assn and tranafer to the Asscneee he full and exceeded  rig" I had, and 
Womento said invenfloq and in and so any and all Left.r, Palent or, inillar brall protectidll in to United Sl and its terridonal 
posaeasidns and In any and all towign ocvnldta to be obtained for onInventen by esid eED1athn or ally sent inualicn, 
cntlnlisbon.in-part. dMscnal. renewal, Subetlete, seasonalcoimuersion or reasons thereof. insludhig all exlenaiv.mS thereof, of 

equalany IN aequalthereof in any foren country fur the full arm or more to’ we BE Ins sane nay be granted. including any and Si, 
cotwention rigfsts. 

The Assçnors Imafeby coveimant that no assignment, sate, areemnent or enoumbralic. has been or sill be made or entered into whdi 
wo,jid oonnio* nile this aaetimnmentell seb 

The A,sners unifier covenant thaI lie A,snor, WI’ nfnrn pry provIde. upon wntltsn request Assnae with all pertinent Sob and 
dsojnmants relalmg to said eppllcaaon, saId Sweelidn and said Letters Patent and legal euhualenIe Alomeign countries as ani be 
knovm and acoesale to the Aaaignora and had ’hey sll promptty execute and daasem toAssnaeo. is leal rearesenlathues any 
and aWpanere. insirlJmentsci affidawits reqijeed to appiy tor, neasim, n,*taln. issue. extendnd a anfoice said applicaton. said 
Franklin and said Left, Patent and said equNalents ttwwof ii any Judge country weich rnay be necassaFy of desirable 10 carry out 
the purpOaes thereoi 

IN VATNESS WHEREOF. the Assnoms have executed this document on the one indicated below; 

J-44 Date: \ 

"ViLori
 AnhaIfer 



ESTADO DE WISCONSIN 

OfIcina del Secrotarlo de Estado 

APOSTILLA 
(Convencion do La Haya del 5 do octubre do 1961) 

1. Pals: Estados Unidos de America 

El presonte documento publico: 

2. Fue firmado par Kern R. Van Astern 

3. Due ectuO on all calidad de Notario Publico del Estado de Wisconsin 

4. Llova el sello del notado pUblico mencionado 

Se cerlifico on: 

5. Madison, Wisconsin 

6. El 11 de diciembre all 2007 

7. Par parts del Secretario do Estado de Wisconsin 

8. Baja el NUmero 160141 

9. Aparece Gran Sello del Estado do Wisconsin 

10. Firmado par Douglas La Follette, Secretario de Estado 

Este apostilla solo oonIrma In auloridad de In persona enunciada an el numeral 2. Esto no signthca quo al 

corlienido del documenlo animator este corredo, o qua S Seorelarlo de Eslado apruebe dd,o cannonade, 

7 



Caso No. #64047865C014 (21172A) Colombia 

CERTIflCACIÔN 

ESTADO DE WISCONSIN 

CONDADO DE WINNEBAGO 

Per la presonte cerlifico quo el documento adjunto coriesponde a una copia fiel del 

documento original de cesión a favor de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.. 

realizada per Lod Ann Shaffer, All Yahiaoui, y Eugenio Go Verona en relaciOn 

con el asunto revelado en ma solicitud de patente de las Estados Unidos tituJada 

PANG LIMPIADOR PARA CIJARTO LIMPIO, firmada par Lori Ann Shaffer el 27 

de febrero de 2006; All Yahiaoui el 2 de marzo de 2006; y Eugenio Go Varona el 

3 Marzo de 2006. 

Fecha: 5 de diciembre de 2007 

(Fda.) Kern R. Van Asian, Notaria Ptblico, 

% Cuyo cargo expire of 26 de junia do 2011. 

(LegalizaciOn requohda) 
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OFICINA LIE MARCAS REGISIR4DAS ’1 PPCTEHTES DE LOS ESTADOS UNDOS 

Baja el Secretario de Comercio pars Propiedad Intelectual y el Director de Is 
Oficina de Patentee y Marcas Registradas do los Estados Unidos 

24 de mayo de 2006. 

Codgo de Barra *103195990A* 
TAIll1maU1!x.]i 

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
401 NORTH LAKE STREET 
P.O. BOX 349 
NEENAH, WI 54956 -0349 

ORCINA DE MARCS REGISTRADAS V PATENTES DEWS EST&DOS UNIOGS 

NOTIFICACION DE REGISTRO bE DOCUMENTO DE CESION 

El documento adjunto he sido rogistrado par Is division de cesiones its Is Oficina 

do Mantes Registradas y Patentee de los Estados Unidas. En el cuarto its 

büsqueda de cesiones so encuentra disponible one cope Microfilm complete 

ubicada an el nUmero de carrete y marco abajo indicados. 

Favor revise rods Is informaciOn contends an esta notificaciôn. La infonnaciOn 

contends an esta notificaciOn de registro rofleja Is informaciOn presents an el 

sistema Is cesiones de patentee y marcas registradas. Si encuontra errores, o  

¶ 
tiene preguntas an relaciOn con esta notificacion, puede contactar al empleado 

ouyo nombre aparece an Is misma an all 571-272-3350. Favor envie a soiicitud do 

correccion a: Oficina de Maras Registradas y Patentes de los Estados Unidos, 

Division S Cosiones, Casirlero de Cesiones, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 

22313. 

Fecha de Registro: 03114/2008 Carrete/Marco: 017568/0821 

NUmaro do PÆginas: 2 



Memorial Cesian del Derecho do los Cedentes (Ver documento pare mae 

detallee). 

Expediente No. 21772A 

Cede nie 

SHAFFER. LORI ANN, Fecha del Doouniento: 02/07/2006 

Cedente: 

YAI-fiMOul ALL Fecha del Documento: 03/02/2008 

Cede nte: 

VARONA, EUGENIO GO Fecha del Docuniento: 03/03/2006 

Cesionarlo 

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
401 NORTH LAKE STREET 
P.O. BOX 349 NEEP-IAI-I, WI 54957 
NEENAH, WISCONSIN 54957-0349 

NUMERO DE SERIE: 11292650 FECHA DE PRESENTACION: 12/02/2005 

PATENTE NUMERQc FEOHA DE CONCESIOM: 

TITULO: PAæO LIMPIADOR PARA CUARTO LIMPIO 

SHIRLJE SIMON! Examiriador 
DIVISION DE CESIONES 
OFICIAL DE SERVICIOS PUOLICO 

4 
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En III Oficina de Marcas y Patentee de los Estados Unities its America 

Solicitantes: Lori Ann Shaffer,Ali Yahiaoui, Expediorite: 21772A 
Eugenic Go Varona 

Serial No. :11/292.650 Grupe: 
Confirniacian No. 2938 Examinador: 
Presentado: 2 do diciembre de 2005 
Para: PAO LIMPIADOR PARA CUARTO LIMPIO 

Cesi6n4nventores Ccnjuntos 
Solicitud Provisional 

S BuzOn he Services de Cesiones 
Director de Is Oticina de Mamas y Patentee 
de las Estados Unidos 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Apreciado Senor: 

CONSIDERANDO QUE Lori Ann Shaffer dorniciliado en 585 Olds Lauren Court 
Alpharetta, Georgia 30022 y All Yahiaoul domiciliado an 5040 F’oxberry Lane, 
Roswell, Georgia 30075 y Eugenio Verona Go domiciuiado an 3309 Woodrun Trail, 
Marieta, Georgia 30082 (en adelante denominados conjuntamente los 
CEDENTES), ban realizado Un invento y ban (1) firmado previamento una 
solicitud de patente de los Estados Undies de America con respecto at invento 
(2) esta contemporÆneamente firmando una solicitud de Patonte de los Estados 
Unidos de America pars dicho invento qua Se titula: 

PAAO LIMPIADOR PARA CUARTO LIMPIO 

CONSIDERANDO QUE QUE, Kimberly-Clark Worldwide, Inc., una sociedad 
debidamente constituida y existente segün las leyes del Estado de Delaware y con 
domicilio principal an 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 54956! Estados 
Unidos de America (de shore on sealants el tESIONARIO’), doses adquirir la 
totalidad de los derechos, titulos e interOs del CEDENTE sobro cliche Inventor, y Is 
posterior Patente o proteociOn legal similar pars los Estados Unities y paises 
extra njero S. 

POR CONSIGUIENTE, A QUIEN PUEDA INTERESAR: Sepase qua an 
contraprestacion al page realizado per el Cesionario a favor de los Cedentes per 
valor de (US$1 00 U.S), y a otras contraprestaciones onerosas, cuyo recibo as 



sousa per el presente. Los Cedentes, par 61 medic del presonte, vender, ceden, 
transfieren a favor del Cesionario, Is totalidad y exclusividad de so earache, tilulo 
intereses an el mencionado invento y on todas y cualesquiera patentee a 
proteccion legal similar an los Eateries lJnidos y an sus posesiones territoria(es, 
en Lodes y cualesquiera paises extranjeros quo as vayan a obtainer pare el 
mencionado invento a traves de Is mencionada solicitud, 0 de cualquier 
continuacLOn, continuacion parcial, division, renovac16n %ustituc16n, re-examen, 
conversion 0 re-expedician quo Se haga al respecto, incluyendo todas las 
prOrrogss, o cuaiquier equivalents legal an cualquier pals extranjero cars Is 
totalidad dol tØrrnino o tØrminos pare Los cualos as otorgue, incluyendo todos 
cualesquiera derechos de conversion. 

Los Cedentes par medic de Is prosente Be comprometen a qua nose otorgarØ ni 
I ceIebrrth ninguna oesiOn, yenta, centrals, o gravarnen, que pueda ent,ar en 

conflicto con esta cesion y yenta. 
AdernØs, los Cedentes se comprometen a qua al memento de Is solicitud escrita al 
respecto, proporcionaran or cesionarlo lodes for; fiechos y documentos pertinentes 
an relacion con Is mencionada sclLcitud, el mencionado invento y las mencionades 
patentee y equivalentes legales an palses extranjeros, qua Sean de conocimiento 
de or; Cedentes y seen disponibles para el mismo, y oportunamente firmarâ y 
entregara al Cesionaric o sus representantes legalos aides y cualesquiera 
documentos, instrumentos 0 declaraciones pare solicitar, obtener, rnantener, 
expedir, prorrogar, y racer valer Is rnencionada solicitud, el mencionado invento, 
Las mencionadas patentes y los mencionardos equivalontes an cualquier pals an 
qua as considers necesario 0 deseable Ilever a cabo los fines de Ic antedicho. 

EN FE DE [0 CU.AL, el CEDENTE as suscribe an Is fecha indicada a 
continuacjOn: 

(firma iegibIe) Lori Ann Shaffer Fecha: 27 de febrero de 2006 

MA  ilegible) Ali Vahiaoui Fecha: 2 de marzo de 2006 (firma 

(firma legible) Eugenio Go Verona Foche: 3 de marzo de 2006 

12 
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CLEANROOM WIPER 

This application claims priority to U.S. Provisional Application No. 

601698,116 entitled tLEAWP300M WIPERi and filed on July 11, 2005, in the 

names of Lod Ann Shaffer at al, which is incorporated herein by reference in its 

5 entirety. 

Attention Is drawn to a related application entitled ’Cleanroom Wilperu in the 

names of Shaffer at al., Attorney Docket Number 21,772B which Is incorporated 

herein by reference In its entirety. 

10 BACKGROUND 

Cleanrooms are widely used for the manufacture, assembly and packaging 

� of sensitive products and components where it is necessary for the various 

processes to be conducted in a controlled environment substantially free of 

particles and other potential contaminants. As such, cleanrooms are typically a 

15 confined environment in which humidity, temperature, and particulate matter are 

precisely controlled to protect the sensitive products and components from 

contamination by dirt, molds, viruses, noxious fumes and other potentially 

damaging particles. 

Broadly defined, particles may be any minute object in solid or liquid state 

20 with clearly defined boundaries, i.e., a clearly defined contour. Such particles may 

be dust, human skin or hair, or other debris. On a relative order of magnitude, a 

human will regularly shed 100,000 to 5000,000 particles of a size of 0.3 

micrometer or larger, per minute, in some environments, such particles may be 

microorganisms or viable particles (i.e., singlecell organisms capable of 

35 multiplication, at an appropriate ambient temperature, in the presence of water 

and nutrients). These viable particles may Include bacteria, moulds, yeasts and 

the like. Particles may come from the outside atmosphere, air conditioning 

systems, and liberation within the oleanroom by processes or by those who use 

the room. Every article that is brought into the cieanrcom brings with it the 

so potential of Introducing such contaminants into the room. 

Cleanroorns are found in industries with sensitive products and components 

such as microchip manufacturing, LCD monitor manufacturing, sensitive 
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electronics manufacturing, pharmaceuticals, and the like. For example, in 

microprocessor manufacturing, such micro-particles can destroy the circuitry of a 

wafer by Interfering with the conductive layers on the wafer surface. Strict controls 

and standards have been devised and are used throughout such Industries to 

ceflfy the ole,Uness of the cleanroom. The more critical the need for cIeanlines8 

the less tolerance there is for particles within the cleanroom. 

The classification of cleanrooms by the ISO standards is based on the 

maximum number of particles of a certain size that can be present. For example, 

n microchip manufacturing, the cleanroorns are generally certified as I SO Class 3 

to environments. An ISO Class 3 envirccment may only have a maximum of 8 

particles per cubic meter that are 1 micrometer or larger; 35 particles per cubic 

meter that are 0.5 micrometers or larger; 102 particles per cubic meter that are 0.3 

micrometer or larger; 237 particles per cubic meter that are 0.2 mIcrometer or 

larger; and a maximum of 1000 particles per cubic meter that are 0.1 micrometer 

15 or larger. ISO Class 4 and 5 envirom,,ents allow for an incremental increase In the 

particles present in the oleanroom which may be appropriate for less critical 

manufacturing environments than is necessary in ISO Class 3 environments. 

Wipers are commonly used in cleenrooms to clean surfaces and tools being 

introduced to the clear,room, clean up spills and excess processing chemicals and 

20 debris, cover sensitive eq4rnent, and to wipe down surfaces within the 

cleanroom. In the ISO Class 3 environments of microchip production, knit 

polyester wipers are commonly used. While a necessary part of the production 

processes, every wiper brought into the cleanroom environment has the potential 

of introducing potentially damaging particles into the oteanroom. 

25 The first potential source of particles is lint from the wiper itself. The lint 

may be carried along with the wiper or may be generated from the wiper itself. 

Typically, for a knitted polyester wiper, lint is generated from the wiper edges 

where loose fragments of the polyester yarn are present due to the finishing 

processes used during the manufacture of the wiper. Sealing of the edges of the 

c Wiper, as is corrm,only done by the manufacturers of such Wipers, helps alleviate 

much of this type of lint. 

Another potential source of adverse contaminants Is molecules or atoms in 

the form of ions or residues left on the wiper. These contaminants typically come 
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from water used in processing the wipers, chemicals added to improve 

performance characteristics of the wiper, or human Interaction with the wipers. For 
example, in the production of silicon wafers for microchip production, ions such as 
sodium (Na)! potassium (K) and chloride (CI) are commonly found in cleanroom 

wipers and can cause serious production problems and may damage the wafers 
being produced. For example, in microprocessor manufacturing, residual ions can 
destroy the circuitry on a wafer by sticking to the wafer surface and reacting with 
the materials used In creating the circuit. 

Along with the potential of introducing particles into the cleanroom 
to environment, another issue with the use of cleanroom wipers Is related to cleaning 

up spills and excess liquids used in processing. As is well known cellulosic and 
cotton fibers have been used In paper towels rags, wipers and similar articles. 
Such articles work well to absorb large quantities of liquid, but they are not 

compatible with more stringent cearwoom environments. A woven cotton rag, a 
15 paper towel, or a wiper made of polyester-cellulose fibers has much higher 

amounts of lint than a cieanroom laundered, knitted polyester wiper. The tradeoff 
for reducing the amount of lint with the use of a knitted polyester Wiper is a 
decrease In the amount of absorbent capacity (i.e., the maximum amount of liquid 
the wiper can hold) for such wipers. 

20 Additionally, while typical knit polyester wipers manage to remove liquids 
from critical surfaces they often leave some degree of residue on the surfaces 
after wiping. For example, a surface wiped for one minute using a 6-gram 
poyester wiper wiTh 6 grams of isopropyl alcohol while the person wiping the 
surface wore an 8 -gram nitrile glove, left behind 19.3 micrograms of residue 

25 (61ngIcm2). Most of the residue was from the wiper and glove with a minimal 
amount being from the isopropyl alcohol. As discussed above such residue can 
cause problems in sensitive manufacturing environments such as microchip 
production. 

In the manufacture of certain synthetic wipers, surfactants have been 

o added to the surface of the substrate to improve the ability of liquid to wet out on 

the surface, helping the wiper to quickly absorb the liquid. However, traditional 

surfactants produce residue and ions that can be harmful in the sensitive 

environments of cleanrooms, as discussed above. 
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In View of the issues with tint and Ions as wall as the need to wipe surfaces 

dry in a cr(ticai ceanroom envlro,cnent, it to desited to have alow-lint, low-Ion 

s knitted cleanroom wiper with greater ability to wipe a surface dry. 

The 
wipers of the present Invention are capable of wiping a surface dry In a 

cleanroom environment. Such wipers are made of a knitted substrate of 
continuous, 

synthetic filaments and is suitable for use in a cleanroom environment. 

A surfactant Is present on the surface of the knitted substrate and may be a gemini 

10 surfactant, a polymeric wetting agent, or a functionafized oligomer. 

In various embodiments, the wiper may have and add-on amount of about 

0.5 percent or less, by weight of the knitted substrate. Further, the add-on amount 

* may be between about 006 pevoent and about 0.5 pewent, by weight of the 

knitted substrate. in some embodiments, the wiper may have a vertical wicking 

Is capability at 60 second of about 5 centimeters or gloater; a wipe dry capability of 

about 760 square centimeters or greater; ndIor a dynamic wiping efficiency of 

about 91 percent or greater. 

In some embodiments the wiper may have an extractable Ion content of 

less than about 0.5 parts per million S sodium (Na) ions, less Than about 0.5 parts 

20 per million of potassium (K) ions, and less than about 0.5 parts per million of 

ChIQridO (CI) ions and/or have about 30 x to6 particles per square meter or less, by 

the BISaI Shake Test (lEST RP-00004$, Section  

In further embodiments, the wiper nay have a knitted structure with a pore 

size distribution where about 5 to about 25 percent of the pores are of a size of 

25 about 20 microns or less, and whore about Solo about 50 percent of the pores are 

of a size in the range from about 60 microns to about 100 microns 

The present invention is also directed to a wiper for use In a cJeanroom 

environment made of a knitted substrate of continuous, synthetic filaments and 

having a wipe dry capability of about 850 square centimeters or greater. 

In various embodiments, a gemini surfactant, a polymeric wetting agent, or 

a lun onalized ogomer may be present on the surface ot the knitted substrate. 

In various other embodiments, the wiper may have a vertical wicking capability at 

60 seconds Of about 5 centimeters or greater, a dynamic wiping ewc)ency of about 
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91 percent or greater; or an extractable Ion content of less than about 0.5 parts 

per million of Na ions, lees than about 0.5 parts per million of K ions, and less than 

about 0.5 parts per million of CI Ions and about 30 x io particles per square meter 

or less, by the Biaxial Shake Test (lEST RP-00004,3, Section 6.1.3). 

5 In other embodiments, the knitted substrate may be made of continuous 

polyester filaments or may have a knitted structure with a pore size distribution 

where about 5 to about 25 percent of the pores are of a size of about 20 microns 

or less, and where about 30 to about 50 percent of the pores are of a also in the 

range from about 60 microns to about 160 microns. 

10 Finally, the present invention is also directed to a wiper for use in a 

creanroom environment made of a knitted substrate of continuous, polyester 

filaments and having a surfactant present on the surface of the knitted substrate. 

The surfactant may be a gemini surfactant, a polymeric wetting agent, Or a 

functionalized oligomer. Additionally, the %4per has an extractable ion content of 

is less than about 0.5 parIs per million of Na Ions, less than about 0.5 parts per 

million of K ions, and less than about 0.5 parts per million of Cl Ions. The wiper 

also has about 30 x 106 particles per square meter or less, by the Biaxial Shake 

Test (lEST RP-00004.3, Section 6.1.3). 

In some embodiments, the surfactant may be present In an add-on amount 

20 of about 0.5 percent or less, by weight of the knitted polyester substrate. Further, 

the add-on amount of the surfactant may be between about 0.06 percent and 

about 0.5 percent, by weight of the knifled polyester substrate. 

In various other embodiments the wiper may have a vertical wicking 

, capability at 60 seconds of about 5 centimeters or greater, a wipe dry capability of 

as about 850 square centimeters or greater; a dynamic wiping efficiency of abdut 91 

percent or greater; and/or a pore size distribution .4,ere about 5 to about 25 

percent of the pores are of a size of about 20 microns or less, and where about 30 

to about 50 percent of the pores areal a size in the range from about 60 microns 

to about 160 microns. 

20 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

FIG. 1 is a magnified, top view of a knitted polyester wiper having an 

interlock knit pattern. 
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rio. 2  i a magnified, perspective view of the knitted polyester wiper of FIG. 

1. 

FIG. 3 is a magnified, lop view of a knitted polyester wiper having a Swiss 
pique knit pattern. 

FIG. 4 is a magnified, cross sectional view of the knitted polyester wiper of 
FIG. 3. 

FIG. S Is a magnified, top view of a knitted polyester wiper having a French 
pique knit pattern. 

FIG. 8 is a magnified, cross sectional view of the knitted polyester wiper of 
FIG. 5. 

FIG, 7 is a magnified, lop view of a knitted polyester wiper having a French 
pique knit pattern with a loose stitch. 

FIG. 6 is a magnified, top view of a knitted polyester wiper having a French 
pique knit pattern with a tight stitch. 

FIG. 8 is a graph of the relative pore size distribution of the materials of 
FIGS. 7 and S as shown as the pore volume (in cubic centimeters per gram) 
versus the equivalent pore radius (in microns). 

FIG. 10 is a schematic view of the testing apparatus for use with the vertical 
Nicking test. 

FIG. 11 is a perspective vIew of the testing apparatus for use with the wipe 
dry testing procedure. 

FIG. 12 is a closer perspective view of the sample sled of the testing 

apparatus of FIG. 11. 

FIG. 13 is a front view of the improved testing apparatus for use with the 
wipe dry testing procedure. 

FIG. Ms another front view of the improved testing apparatus for use with 
the wipe dry testing procedure. 

FIG. 15 is a closer perspective view of the disc of the testing apparatus of 
FIGS. 13 and 14. 

FIG. 16 is a perspective top view of the sample sled attached to the wiping 
arm assembly of the wipe dry testing apparatus. 

FIG. 17 is a perspective top view of the sample sled for use in the wipe dry 
testing procedure. 

21 



WO 2fl7flJ08444CT(USZOO62$4S3 

FIG. 18 is a perspective bottom view of the sample sled for use in the wipe 

dry testing procedure. 

DETAILED DESCRIPTION 

The wipers of the present invention have an improved ability to wipe a 

surface thy of a liquid to a greater degree than available knitted polyester wipers 
currently used in cleanroom environments. The present invention Is ales to 

achieve these improved wipe dry capability by multiple possible methods. The First 

to general method is the modification at the surface of the knitted substrate material 

to Improve the wipe dry capability of the wiper. A second general method for 

improving the wipe dry capability is modification of the knitted fabric structure. Both 

of these general solutions are capable of providing the desired wipe dry capability 

individually or as a combination of the two methods. 

as Of partlotaac concern Is the wipe dry capability of the wiper In a cleanmom 

environment. As used here, wipe drr is the ability of a wiper to wipe a surface thy 

of a liquid without leaving a residue. It is related to the ability of the wiper to quickly 

pick up liquid into the wiper structure during the wiping motion as the wiper is 

brought across the surface to be wiped. A wiper with a good wipe dry capability will 

20 only require one or two passes over the surface, rather than multiple passes, to 

wipe the surface dcy of lq,ild pYosent. A surface that is wiped thy will no longer 

have residual evidence (he., rivulets or drops) of the liquid. 

A wiper with good wipe dry capability will quickJy pick up the liquid into the 

’ interstices of the structure of the wiper material and hold it there during wiping. 

25 The absorbent capacity of a wiper is the maximum amount of fluid that the wiper 

can contain and is different than the wlpets wipe dry ability. A wiper may have a 

hgh absorbent capacity, but not be able to take up the liquid quickly. Such a wiper 

WA often push the liquid around on the surface before the wiper can absorb the 

liquid. Often materials that are used to increase the absorbency of such a wiper 

n (e.g., cellulosic fibers, superabeorbent particles, etc.) wW result (R unacceptable 

levels of lint, particles and residual Ions in the critical env4ronments in which such 

wipers are used. 
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The ISO classifications 
of cloanroom environments Is based on the particle 

levels present in the ale at such an en*onrnent. Cleanroonis that have a lower 
ISO oasstioa1ion are environments very sensitive to contaminants and 
consequently have lower limits as to acceptable particle levels. Conversely, the 

acceptable level 
of particles present In the air of the cleanroom increases With the 

ISO classification. For example, cleanroom where semiconductors are 
manufactured are critical environments where even small amounts of particles 
could harm the semiconductors. Appropriately, semiconductor manuac1u,ing 
occurs in ISO class 3  O 4 environments ISO class 5 and S environments, such as 

it used in pharmaceutical and biotech cloanjooms, still require controls as to 

contaminants, but are less restulotivo than ISO class 3 or 4 environments. 

Accordingly, wipers designed for use in these environments must be 
suitable icr use in such critical cleanrooms. Wipers to be used In the cleanrooms 
must not adversely effect the levels of contaminants in the cleanroorn. While there 

s Isnot an existing standard tar acceptable particle and on levels in cleanroom 
consumables (such as wipers), one can approximate these levels based on the 

Industry averages for the largest manufacturers of such c)eanroom consumables. 
Averages of the particle and or levels present in commercially avaIlable wipers 

recommended for use in specific ISO cleanroom environments are given in Table 

ac 1 The averages in Table 1 are based on commercially available cleanroom wipers 
from Contec Inc. (Spartanburg, SC), Milliken & Company (Spartanburg, SC, 

Berkshire Corporation (Great Barrington, MA) and ITW TBXWipe flyahwain, NJ). 
TABLE I 

ISO class 3/4 ISO class 6/8 

Paicles. per m2 of wiper, of a 14 x 10e to 1.25 x 2 x 10 to 1,2 x 10° 
size between 0.5 and 5.0 microns 

lol

Padic(es, per m2o% wiper, ofa 3x105 to 7x105 12x106to7xlO6 
size between 5.0 and 100 microns 

Padicles, per m’ of wiper, of  800 to 2900 5 x 10,to 8  106 
size geeater than 100 microns 

Extractable Ions (pm) 
Sodium ions U to 0.5 0.5 to 50 

Potassium Ions 0 to 0.5 0,5 to 25 

Chloride ions 0 to 0.3 0.3 to 25 
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To meet such strioget lint I particle Imulm, the substrates used for 

cleanroom wipers need to be substantially free of any loose fibers. Hence as 

known in the art wiper substrates for criticat ceanroom ewvonments such as 

ISO class 3) am generally made from continuous filament yams. Continuous 

filaments am generally defined as an unbroKen strand of synthetic liber made by 

extruding mo!ten polymer through a spinnerotto. The fibers are cooled and then 

stretched and textured Into bundles referred to as yam. 

Cleanroom wipers have been made from woven cotton, polyurethane foam 

10 polyester-cellulose, and nylon. However, synthetic fibers are more commonly used 

for more critical cleanroom environments as they generally produce lower levels of 

lint and extractabies Than those made with some degree of natural fibers (I.e., 

cotton, cellulose, etc.). Such synthetic fibers may be pogesters, nylons, 

polypropylenes, polyethylenes, acrylics, polAinyls, polyurethanes, and other such 

15 synthetic fibers as am well known. 

Polyester is the most common material used in clear-room environments. 

More particularly, such wipers are typically made from poly (ethylene 

terephthaIato PET") fibers. The lint levels of wipers made from double kræt 

polyester are much lower than wipers made from other materials such as 

D nonwoven materials, woven cotton polyester-cellulose blended fibers or the like, 

While the use of other continuous, synthetic filaments could be used to 

make the substrate of the wiper, PET is the material most commonly used within 

cleanrooni environments. For the ease of the remaining discussion of the present 

Invention, the substrate of the wiper of the present invention will be discussed as 

s being made of polyester or PET, However, as discussed above, other synthetic 

polymers could be used and are not Intended to be precluded from use In the 

present invention. 

The knitted wipers of the invention are produced by conventional knitting 

and processing procedures as are common and known for such cleanroom wipers. 

,o First, 100-percent continuous filament polyester yam is knitted with the desired 

payrem on a circular knitting machine. Such patterns may include, but we not 

limited to, an interlock pattern or a pique pattern. The fabric is then slit to the 

desired width and run through a continuous hot bath whore a detergent Is added 
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that cleans knitting lubricants oft the fabric. This part of the process is referred to 

as scouring. The temperature and the speed of the scouring process can be 

adjusted as desired as is weli-knowi, in the art. For example, a typical scouring 

temperatures 110 degrees F (378 degrees C) and a typical speed through the 

scouring process is 40 yd/min (36.6 rn/mm), 

The fabric is rinsed In warm water and immediately re-rinsed with a 

sprinkler system before entering a squeeze roll that removes excess water. The 

fabrIc then enters a tenter frame whore doing heat Is applied. The temperature 

and the speed of the tender frame drying can be adjusted as dashed es Is welt-

10 known In the art For example, a typical tenter frame temperature is between 240 

and 370 degrees F (171 -188 degrees C) and the typical speed through the tenter 

is approximately 35-40 yd/min (36.6-32.0 rn/mu,). 

After exiting the tenter frame, the fabric is cut into wipers of the desired 

size, and the fibers on the wiper edges are fused together using a sealing 

as machine. As mown in the art, such sealing may be accomplished by hot wire 

knife, ultrasonic bonding, laser sealing, thermal bonding and the like. 

Once the edges have been sealed, the wipers are laundered in 8 

cleanroom laundry. During the rinse cycle, the chemical treatments can be applied 

to the fabric. As known in the an, typical rinse temperatures can range between 

20 about 130 and 160 degrees F (54.4-71.1 degrees C). typical cycle time is 

between 40 minutes and one hour. After being rinsed three times In ultrapure 

(filtered to 0.2 microns) deionized water to remove excess extractabies, the wipes 

enter the cleanroori, dryer where they are dried at a temperature of approximately 

’ 160 degrees F (71.1 degrees C) for 20 to 30 minutes. Once the laundering 

25 process is complete, the wipers are doubled bagged In clear PVC anti-static film. 

Polyester Is naturally hydrophobic which works against the desired wipe dry 

ability of the wiper to quickly pick up liquids. One method of the invention that 

overcomes this issue is the use of surface modification treatments. 

To improve the wipe dry capability of the wiper It is desired to minimize 

30 surface energy difference (or interfacial energy) at the polyester/liquid interface to 

ensure that liquid wets out the surface of The polyester wiper. For example, PET 

has a surface energy of about 43 dynes/cm, whereas the surface tension of water 

is 72 dynes/cm. For a liquid such as water to wet out on the surface of the PET, 
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the gap in surface energy between that of water and the PET substrata must be 

minimized. (Note that surface energy and %urface tension’ are used 

Interchangeably; t Is customary to use surface eney In reference to solids and 

surface tension" for quids.) In the case of the polyester wiper, the surface energy 
of the wiper needs to be increased closer to the surface tension of the liquid the 
wiper is wiping up. One would like to increase the surface energy of the polyester 

wiper to greater than 50 dynes/cm. More desirably, one would prefer to increase 

the surface energy of the wiper to greater than 60 dynes/cm. Even more desirably, 

one would prefer to increase the surface energy of the wiper to greater than 70 
to dynes/cm and ideally the surface energy would be 80 dynes(cm Or greater, 

Another related charactenstic that can be used to determine the weftability 

of a substrate is contact angle, the angle fennEl by the solid/liquid interface and 

Me liquid1vapor interface measured from the side of the ililuld. The contact angle 
is highly dependent upon the surface energy of the solid and liquid under 

15 consideration. If the surface energy of the liquid is significantly higher than that of 

the solid, as In the case of water and polyester, the cohesIve bonds in the liquid 
Mil be stronger than the attraction between the liquid and solid. This wig cause the 

liquid to bead up on the solid, creating a large contact angle. Liquids will only wet 

surfaces when the contact angle is less than 90 degrees. As a smaller difference 
20 in surface energy between a liquid and solid gives a smaller contact angle, one 

can improve the wettability, of a sod by altering the solid or liquid such that the 

difference in surface energy is minimized. 

While a contact angle of less than 90 degrees is required for the a liquid to 

wet the surface of the wiper, It Is desired that the contact angle be even lower for 

25 better wettability of such a wiper. It is preferable that the contact angle be less 

than 80 degrees, It is morn desirable for the contact angle to be ass than 70 

degrees A contact angle lees than 80 degrees would be even more desirable. A 
contact angle less than 40 degrees would be even more desirable. 

Conventional surfactants have been used for many years to treat nonwoven 

30 fabrics to promote wettability of such fabrics for use In absorbent products such as 

diapers, feminine care products, and the like. Surfactants typically have a polar 

head arid a hydrophobic (non-polar) net that, when placed on the hydrophobic 
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surface of the fabric, orient themselves to provide a fabric surface that is wettable 

to aqueous fluids. 

Such surfactants are typicaUy derivatives of natural substances such as 
fatty acids that typically have chains that are no longer than 22 carbons In length. 

Synthetic analogs of fatty acid derivatives am also available. GenemHy, such 
suriactants require that relatively 111gb concentrations of Setfattant be used to 

achieve the desired levels of welting and absorbency of liquids. Typically, due to 
their segregated and dual polar and non-polar characters, conventional surtactants 
wilt tend to reach a critical concentration (i.e. critical micelle concentration or CMC) 

zo at which aggregation of surfactent molecules occur fl the form at spherical 

mioeee where the tails (or hydrophobic portions) converge on themselves away 
from the aqueous phase. It is well understood that when relatively high CMO is 

reached fore typical suitactant, its physical properties (e.g. surface ac1iviIy or 
ability to induce surface tension reduction) level off. It is also well understood that 

is surface activity is highly dependent on su.aotant concentration. In the case of 
clean room wipers, due to concerns about particles, ions and residue, it Is 
desirable to use the lowest amount of sufiacitarit 10 achieve the minimum, 

preferably said, interfacial energy at the PET wiper/liquid Interface. 
Corwentiona, or simple, srntaclants generally consist of a single hydrophillc 

20 head and one or two hydrophobic tails. Examples of such conventional 

surfactants lnc{ude Synthrapol KD, iween 65, Aerosol Or, and a broad range Of 

etho)wlated fatty esters and alcohols, which are readily available from various 
vendors such as tiniqema (New Castle, DE), Cogriis Corp. (Cincinnati, 019, and 

, BASF (Florham Park, NJ). Other classes of conventional surfactants include 

ethoxylated pclydlmethyl siloxanes (available from Dow Coming, GE, and others) 

and ethoxylated fluorocarbons available from 310, DuPont, and others). 

The surface treatments of the present invention provide benefits to 
cleanroorri wiper applications that conventional suüactants are unable to provide. 

One such class of synthetic surfactants is known as gamin) surfactants (also 
relerred to as dimerlc surfactants). Unlike the simple strouctrum of conventional 

surfactants, gemini surfactants are characteæ2ed by multiple hydrophilic head 

groups and multiple hydrophobic tails connected by a linkage, commonly called a 
spacer, located near the hydrophilic head groups. A typical gemini surfactant 

12 
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consists of Iwo conventional simple surfactants that are covalenfly joIned by a 
spacer. The hydrophilic head groups may be Identical or different from each other 

and the hydrophobic tails may be Identical or different from each other. Gemini 
surfactants may be symmetrical or nonsymmetrice!. The spew can be 
hydrophobic (e.g., aliphatic or aromatic) or hydrophiflo e.g., poiycther), short (e.g., 
ito 2 metllylene groups) or long e.g., 3 to 12 methylene groups), rigid or flexible, 

Unique characteristics of gemini surfactants include their ability to reduce 
surface tension of liquids at much reduced concentration relative to conventional 
surfactents. Another distinguishing feature of gemini surfactants Is their 

to aggregation behavior in solution. Gemini surfactants have tendency to aggregate 
in less-ordered spherical micelles than normally found with conventional 
surfactants. As a result, gemini surfactants are significantly more surface active 
and are signiticantly more e$ticient (i.e. effective at much lower concentrations 
than conventional surfactants). Results of study on gemini surMcMnte can be 

j.s found in the following reference 4 theoretical Study of Gen*,f Surfactant Phase 
Behaviot K.M. Layn etal., Journal of Chemical Physics, bvi 109, Number 13, pp. 
5651-6668, 1 October 1998. 

Examples of such commercially available gemini surfactants rvSide Dynol 
604 (2,5,8,11 tetramethy) 6 dodeoyn.5, diol etho,ylate); Surtynol 440 (Ethox)4ated 

20 24,7,9 - tetaniethyl S decyn 4,740 (ethylene oxide - 40% by weight)); Surfyno) 
485 (Ethw’Iated 2,4,7,9 - tetramelby) S docyn 47-diol (ethylene oxide �85% by 
weight)); and Surfynol 420 (65% by weight Ethox-ylafed 2,4,7,9-tetrarnethyl 5 
decyn4, 74ol, 25% by weight Tetrariethyl-5.decyne-4, 7-diol, 2,4,7,9). All such 

% surfactants are available from Air Products Polymers L.P. of Dalton, GA. 
n Another class of synthetic surfactants is functionalized oligoniers. 

Eunctionalized oligomers am synthetic low molecular weight poyoietins (e.g., 
polyethylene, polypropy(ens or their copolymers) which are functionalized with 
polar functional groups such as polyethylene oxide or other groups such as 
carboxylic acid, sulfate, sultanate, hydroxyl, amine, amide, anhydride, etc. These 

o oligomers generally exhibit hydrophobic or polyotefin tails that oontan more than 
22 carbons. Generaly strong adsorption onto PET occurs due to both scalar 
forms (long alkyl chain) as well as polar forces between the polar ester groups on 

PET and the polar groups on the functionalired oligorner. Generally, these 

3 
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functiorialized oligomers, especially the ethoxylated oligorners, exhibit low levels of 

ons because the ethoxØate group is non-ionic and Is charge neuiral. Examples 

of such commercially available substances includes Unithox 490 (alcohols 

ethoxylated, ethane homopolymor (ethylene oxide - 90% by weight)) from Baker 

Petrolite of Sugar Land, TX. 

Finally, a third class of such synthetic surfactants is polymer wetting agents. 

Polymeric wetting agents are water soluble synthetic polymers such as polyvinyl 

pyrolidone, polyacrylic acid (PM), polyacrylamide (PAM), polyacryamido-methyl-- 

propane sulionic acid (PAMPS), water soluble cellulose (or po)ysaccharides) 

ao derivatives such as ethyl hydroxyl ethyl cellulose (EHEC), carboxy methyl cellulose 

(CMG) and many other water soluble polysaccharides. Other proprietary water 

soluble polymers are made by Rhodla, trio. Of Cranbury, tU, include kythosstem 

0 105-2, Hydropol and Repe}-o-tex QCX-2 (15% Polyethylene glycol polyester 

dispersion, 85% water, <0.0006% dioxane, <0.0005% ethylene oxide). 

is Besides using a chemical additive such as a surfactant, other surface 

treatments can be used to modify the surface energy of the wiper. For example, 

glow discharge (GD) treatments by atmospheric plasma or corona. GO treatments 
can enhance surface energy of PET to higher than 50 dynes/cm, thereby making it 

more wettable to aqueous fluids. GO by atmospherIc plasma is preferred because 

30 It allows for surface oxidation (or other polar groups) that is more durable overlme. 
Also, flame treatment is another process that can achieve similar results to GO 

treatment. 

Another potential surface treatment is radiation-induced graft-

copolymerization of hydrophilic monomers onto PET. Typical hydrophillo 

s monomers (or water soluble monomers) include but are not limited to are N-vinyl 

pyrrolidone (NVP), acrylic acid, hydrorethyl methacrylate (HEMA), etc., which can 

be graft-coplynerized onto PET via gamma radiation, electron-beam UV 

radiation, or the like. Also it is possible to combine a GO (atmospheric plasma or 

Corona) treatment to pm-oxidize PET followed by the radiation-Induced graft-

30 copolymerization process. The pre-oxidation step can raise the surface energy of 

PET so that a more favorable wetting of the PET by the graft-copoiymerization’s 

aqueous monomer can occur. Thus, a better grafting efficiency and grafting 

JAmity may Otto,, 
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Suriactants are generally applied to the wipers during the rinse cycle of the 

laundering process of the production of the knitted polyester wipers. The 

laundering process is the most convenient place to add the surfactants 10 the 

wipers as all of the processing chemicals used in the melt-extrusion of the PET 

fibers and the manufacture of such wipers have been washed off and will not 

Interfere with the addition of the desired surfactant. Surfactant is added to the 

rinse batch at a weight percentage of approximately 0.06 to 0.5% by weight of the 
wipers being rinsed (i.e., 1 t 8 ounces (28 to 227 grams) of surfaclant for every 

100 lbs (45.4 kg) of wipers). The wipers are washed with ultra pure deionized 

io water filtered to 0.2 micron in a 200 gallon (757 L) capacity washer. The typical 

batch size of wipers laundered at one time is 100 Its. (45.4 kg) of wipers. 

However, other methods can be used in the wiper production processing to 

Import surface treatments discussed above. For example, one may treat PET 

fibers or PET yam following melt extrusion and prior to spooling using any suitable 
is wet chemistry process (surfactant, water soluble polymers, and the like). Similarly, 

the surface treatment may be incorporated into the fiber during the melt-extrusion 

of the fibers. Alternatively, one may treat the knitted PET in a roll form using 

conventional wet chemistry with saturation, spray, gravure, foam, slot die, or 

similar processes followed by drying. In another treatment method, one may treat 
20 the knitted PET in a roll form using conventional wet chemistry with saturation, 

spray, gravure, foam, slot die, or similar processes followed by irradiation by 
gamma, e-beam or UV, followed by drying. Finally, one may treat the knitted PET 

In a roll form using a GO or flame treatment, 

’ In addition to each of these surface treatments being used individually, 

as combinations of such treatments could be used together. By way of non-limiting 

example, combinations of the surfactant classes could be used together. in 

another non-limiting example, combinations of a surfactant along with plasma 
treatment may increase the wipe dry ability of the knitted polyester wiper. One 

skilled in the an, in view of discussion above, would be able to see that them are 

o numerous combinations of such surface treatments that could be used 

individually, or In combination to improve the wipe dry ability of the knitted 

polyester wiper. 



WO 2007/008444 PCT/0S2006/025453 5 / 

Alternatively, or in addition to, treating the surface of the knitted polyester 

fabric, the structure of the fabric can be modified to improve the wipe dry ability of 

the wiper. While the inventors do not wish 10 be held to or be limited by a particular 

theory of operation, itie believed that the ability of the knitted polyester wiper to 

absorb and retain water is a Junction of the capillary structure of the fabric. The 

capillary force driving the water into the pores of the fabric Is a function of the 

surface tension of the liquid-gas Interface, the contact angle and the size of the 

pore itself, As is well known, the "pores" of a woven fabric are the discrete void 

volumes within the fabric as defined by the filaments that make up the yam (inira-- 

aD yam voids/pores) and as defined by the yarns that make up the woven fabric 

(inter-yam voids/pores). 

The contact angle is the angle formed by the solidæiquid interface and the 

0 liquid/gas interlace measured from the side of the liquid. The smaller the contact 

angle, the more effectively the liquid will wet-out the surface. The contact angle is 

as a function of the surface tension of the liquid and the surface energy of the 

receiving surface, and can be altered through chemical treatment of the receiving 

surface, as described above. 

The driving bros for capillary action can be expressed by the following 

formula: 

20 Force =2,TraLGcosO 

Where: 

= Radius of pore opening 

aLa Liquid-gas surface tension 

0 = Contact angle  

25 

As pressure Is the force over a given area, the pressure developed, called 

the capillary pressure, can be written as: 

Capillary Pressure = (20L0 cosO)/r 

The larger the capillary pressure, the stronger the force driving liquid into 

the pores of the fabric. Therefore, in order to maximize the amount of fluid 

16 
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absorbed Into the fabric, one must maximize the capillary pressure. This can be 

done by minimizing the contact angle and/or by minimizing the radius of the pore 

opening. 

The desire in opt4ntzing capIIafy structure of fabric by opUmzh,g the pore 

5 size distribution is to maximize the percentage of pores in the 50 micron and less 

size range. These smaller pores are a function of the yam structure 

(filaments/yarn filament structure (grooved vs. not grooved), yam denier, and yarn 

geometry (round vs. notched crass section)). To maximize wipe dry, 20 to 75 

percent of the pores of the knitted fabric should be of a size of 50 micron or less. it 

io has been found that wipe dry performance can be enhanced by fabrics having 5 to 

25 percent of the pores of a size of 20 microns or less. 

In theory, 100 percent of the pores being 50 micron or less would result in a 

fabric with maximum wipe dry. However, having too many pores in this size range 

can lead to a fabric that is essentially impervious to liquid. A percentage (15 to 80 

as percent) of the pores should be In the size range of 60 to 160 microns for the 

fabric to be able to hold any significant amount of fluid. Pores in this size range are 

a function of the inter-yam structure, which is determined by the knit style (double 

vs. single knit) and knit pattern (i.e. interlock vs. pique). in general, single knits 

have smaller inter-yam pores than double knits, and pique patterns have smaller 

20 inter-yam pores than interlock patterns. However, single knits tend to generate 

more lint due to their structure which makes them less suitable for use in a 

cleanroon, environment. Double knits are less linty than pique knits, but both are 

suitable for use in the cleanroom. Adjusting knit style and pattern so as to keep a 

’ portion of inter-yam pores In the 80 to16O micron range will maximize the fabric’s 

5 fluid handling capabilities (and thus wipe dry). It has been found that wipe dry is 

improved with a wiper having 30 to 50 percent of the pores within the size range of 

60 to 160 mIcrons. 

Alteration of the knit structure Involves changing the way in which yarns are 

knitted together so as to optimize the size and number of voids available for 

o receiving fluid. In knitting, a course refers to horizontal rows of loops and a wale to 

vertical columns of loops. Decreasing the number of courses and wales loosens 

the stitch, increasing the size of the voids available for receiving fluid. The 

tightness of the stitch can be optimized to improve the fabric’s ability to wick and 
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retain fluid, leaving a surface dry after wiping. Decreasing the number of courses 

and wales below 30 will lead to pores that are too large, resulting In a fabric that is 

unable to retain fluid. The desired range of number of wales is 30 to 45 and the 

desired range fro the number of courses is 35 to 65. 

Another method of altering the fabric structure involves changing the knit 

pattern. A majority of cloanroom wipers are made with an inteæockmg knit pattern 

having repeating loops over and under (see FIG. 1 [50x magnification] and FIG. 2 

40x magnification]). Alternative knit patterns can be used to reduce the size of the 

pore openings while maximizing the number of available pores. An example of 

ic such a knit pattern includes pique patterns such as the Swiss pique See FIGS. 3 

and 4, both at 50x magnification) and French pique (See FIGS. 5 and 6, both at 

50x magnification) patterns available from Coville, Inc. The pique patterns are a 

lighter knit than the interlocking lout pattern. 

FIGS. 7 and 8 are scanning electron micrographs, at 50x magnification, 

25 which Illustrate a comparison of a loose stitch (FIG. 7) and a tight stftch (FIG. 8), 

using the sane knitting pattern (Coville French pique) and same filament count. As 

shown in FIGS. 7 and 8, xl Is the length of the stitch, x2 is the width of the stitch, 

X3 is the distance between yarns and x4 is the distance between wales. An 

analysis of these variables for the fabrics depicted in FIGS. 7 and 8 shows that the 

o length of a loose stitch (FIG. 7) is approximately 10 percent greater than that of a 

tight stitch (FIG. 8) and the width is approximately 9 percent greater for loose 

versus tight. The distance between yarns for a tight stitch is approximately 275 

percent greater than for a loose stitch, and the distance between wales is 

approximately 60 percent less for loose versus tight. 

ns As can be seen from the figures, the loosening the knit pattern reduces the 

distance between yarns. This leads to a larger percentage of pores in the 010 20 

micron range and thus Improves wipe dry performance. A comparison of the pore 

size distributions for the loose stitch fabric of FIG. 7 and the tight stitch pique fabric 

of FIG. $ is shown in FIG. 9. As shown in FIG. 9, the loose stitch fabric has a 

o larger volume of pores in the 0 to 20 micron range. 

An additional method of improving the wipe dry of the wiper by altering the 

fabric structure is by increasing the filament count. A filament refers to the 

individual fibers that make up a single strand 0 yarn. See FIGS, 4 and 6. 
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Increasing the number of filaments In a yarn decreases the size of the pores within 

the yarn, Improving the capillary action of the yarn. Typical polyester knitted 

cleanroom wipers have filament counts in the range of 34 to 60. Increasing 

filament count above 60 gives an improvement in wipe dry. The range of filament 

counts for optimizing wipe thy is 60 to 120. Fabrics with such a filament count 

range are considered to be micro-fiber fabrics. 

Another method of improving capillary structure through yam alteration is 

varying the denier of the yarn. Decreasing the yarn denier while keeping filament 

count constant results in smaller diameter filaments. This has the same effect on 

ac wipe dry as Increasing the filament count per yarn; it decreases the size of the 

pores within the yam. 

Finally, the ability of a fabric to wick and retain fluid can be enhanced by 

altering the structure of the yarn itself. A majority of knits used in the cleanroorn 

are made with yams that have a cylindrical cross section. Creating notches In the 

is yarn can increase the number of voids available for receiving fluid. These notches 

can be achieved in two ways: yarn may be purchased with a notched cross or by 

mechanically treating the surface of the fabric to bend" the yams, creating 

notches in the cross section. 

The second option can be achieved by creping the fabric using a doctor 

20 blade. As noted above, this creates notches in the yam that increase the area 

available for holding fluid. Creping of nonwoven fabrics and wet-laid cellulosic 

webs Is well known in the an and can be similarly applied to the knitted fabrics of 

the present invention. Examples of the creping of fabrics may be found in U.S. 

Patents 4,810,558; 8,150,002; 6,673,960; and 6,835,264. Creping the fabric with a 

25 doctor blade essentially bends the yarn, creating grooves that increase the 

number of voids available for receiving fluid. The fabric is run under a doctor blade 

that mechanically compresses the fabric, impressing grooves in the yarn. These 

grooves increase the amount of space available for receiving and retaining fluid. 

Varying the doctor blade design can alter the amount of compaction the fabric 

30 experiences. For this application, doctor blades that deliver compaction In the 

range of 10 to 20 percent are sufficient to give an improvement In wipe dry. 

In addition to each of these fabric structure modifications being used 

individually, combinations of such modifications could be used together. By way of 
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non-limiting example, a knitted polyester wiper could be made with a French pique 

Pattern, a filament count of 80, and 60 courses with 40 wales. Another example 

could be a wiper made with an interlock pattern, and a filament count of 120 

where the wiper is creped. One skilled in the art, In view of discussion above, 

would be able to see that there are numerous combinations of such fabric 

structure modifications that could be used Individually, or In combination, to 

Improve the wipe dry ability of the knitted polyester wiper. 

Finally, the surface treatment methodsand fabric structure modifications 

could be used in combination to improve the wipe dry ability of the knitted 

10 polyester wiper. By way of non-limiting example, a knitted polyester wiper could be 

made with a French pique pattern, a filament count of 80, having 60 courses with 
40 wales, and treated with a gemini surfactant such as Surfynol 440, Another 

0 example could be a wiper made with an interlock pattern, a filament count of 120, 
where the wiper is oreped and surface treated by atmospheric plasma. One sklUed 

is In the art, In view of discussion above, would be able to see that there are 

numerous combinations of such fabric structure modifications and surface 

treatments that could be used individually, or in combination, to improve the wipe 
dry ability of the knitted polyester wiper. 

20 

TESTING 

Vertical Wicking Test: The vertical wicking test measures the height of 

water that can be vertically wicked by the sample in a given period of time. A 
reservoir or containing purified distilled/deionized water Is provided. One end of a 

25 25 mm X 203mm (I inch X 8 Inch) specimen is clamped and the other end is 
placed In the fluid such that it extends 2.5 an therein. An apparatus 30 can be 
used similar to that depicted In FIG. 7. A paper clip 32 or other weight may be 
used to weigh the lower end of the specimen 34 and prevent the specimen from 

curling and allow the lower end of the specimen to readily submerge into the water 

20 40 in the reservoir, Suppoci blocks 36 maIntain the specimen at a fixed height. The 

degree of liquid migration in centimeters is measured at 15 second, 30 second, 45 

second and 60 second intervals. A ruler 38 or other device can be used to 

20 
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determine the degree of liquid migration up the specimen. Tests are conducted In 

a laboratory atmosphere of 23 +1- 1 degrees C and 50 ?- 5% RH. The vertical 

wicking value for a sample is given as the average of at least three specimens. 

The vertical wicking test may be performed on specimens taken along the 

5 machine direction (MD) or the cross direction (CD) of the sample. 

Absorbent Capaclly Test: As used herein, tabsorbourt capacity’ refers to the 

amount of liquid that an initially 4-Inch by 4-inch (102 mm X 102 mm) sample of 

material can absorb while in contact with a pool 2 inches (51 mm) deep of room-

temperature (23 +1- 2 degrees C) liquid for 3 minutes +1- 5 seconds In a standard 

10 laboratory atmosphere of 23 +/- 1 degrees C and 50 +/- 2% RH and still retain 

after being removed from contact with liquid and being clamped by a one-point 

clamp to drain for 3 minutes i-I- 5 seconds. Absorbent capacity Is expressed as 

both an absolute capacity In grams of liquid and as a specific capacity of grams of 

liquid held per gram of dry fiber, as measured to the nearest 0.01 gram. At least 

s three specimens are tested for each sample. Samples may be tested for their 

absorbent capacity in water and their absorbent capacity in isopropyl alcohol 

(IPA). 

Water Absorbency Pate: As used herein, the ’Water Absorbency Rate is a 

measure of the rate at which a sample material will absorb water by measuring the 

o time required for it 10 be wet on 100 percent of its surface by distilled water. To 

measure the Water Absorbency Rate, 9-inch by 9-Inch (229 mm X 229 mm) dry 

specimens are used. Al least three specimens are tested for each sample. Testing 

is conducted In a standard laboratory atmosphere of 23 +/- 1 degrees C and 50 1-!-

2percent RH. A pan having an inner diameter larger than each specimen and 

having a depth of greater than 2 inches (51 mm) is provided. The pan is filled with 

distilled water to a depth of at least 2 inches (51 mm). The water is allowed to 

stand for thirty (30) minutes to allow the water to equilibrate to the room 

temperature (23 +,’ I degrees C). .4 tImer accurate and readable to 0,1 Sec. is 

stalled when the first specimen contacts the water. The timer is stopped when the 

o surface of the specimens Is completely, i.e., 100 percent, wet. Results are 

recorded in seconds, to the nearest 0.1 sec. The absorbency rate is the average 

of the three (3) absorbency readings. 
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Water Intake Rate: The intake rate of water is the time required, in seconds, 

for a sample to completely absorb the liquid in the web versus sitting on the 

material surface. Specifically, the Intake of water is determined according to ASTM 

No. 2410 by delivering 0.1 cubic centimeters of water with a pipette to the material 

surface. Four (4) 0.1 -cubic centimeter drops of water (2 drops per side) are 

applied to each material surface. The average time, in seconds, for the four drops 

of water to wick into the material (z-direction) is recorded. Lower absorption times 

are indicative of a faster intake rate. The test Is run at conditions of 23 +1- 1 
degrees C and 50% +/-5% RH. 

10 Geibo Lint test: The amount of lint for a given sample was determined 

according to the Gelbo Lint Test. The Ceiba Lint Test determines the relative 

number of particles released from a fabric when it is subjected to a continuous 

flexing and twisting movement. It Is performed in accordance with INDA test 

method 160.1-92. A sample is placed in a flexing chamber. As the sample is 

is flexed, air is withdrawn from the chamber at 1 cubic foot per minute (0.026 ms/min) 

for counting in a laser particle counter. The particle counter counts the particles by 

size for less than or greater than a certain particle size (e.g., 25 microns) using 

channels to size the particles. The results may be reported as the total particles 

counted over ten consecutive 30-second periods, the maximum concentration 

20 achieved in one of the ten counting periods or as an average of the ten counting 

Periods. The test indicates the lint generating potential of a material. 

Ready Releasable Pericles by Biaxial Shake Test: The biaxial shake lest 

measures the number of particles in the size range of 0.5 microns and 20 microns 

’ after shaking the specimen in water. Results are reported for particular size ranges 

2S as the number of particles per square meter of specimen. The biaxial shake test 

was conducted using test method [EST F1P-00004.3, Section 6.1.3. 

Taber Abrasion Resistance Test: Taber Abrasion resistance measures the 

abrasion resistance in terms of destruction of the fabric produced by a controlled, 

rotary rubbing action. Abrasion resistance Is measured in accordance with Method 

so 5306, Federal Test Methods Standard No. 191A, except as otherwise noted 

herein. Only a single wheel Cs used to abrade the specimen. A 5 -inch by$-Inch 

(127mm X 127mm) specimen is clamped to the specimen platform of a Taber 

Standard Abrader (Model No. 504 with Modes No. E-140-15 specimen holder) 

22 
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having a rubber wheel (No. H-is) on the abrading head and a 500-gram 

counterweight on each arm. The loss in breaking strength is not used as the 

cdteria for determining abrasion resistance. The results are obtained and reported 

in abrasion cycles to failure where failure was deemed to occur at that point where 

a 0.5 -inch (13 mm) hole is produced within the fabric. 

Grab Tensile Test: The grab tensile test Is a measure of breaking strength 

of a fabric when subjected to unidirectional stress. This test is known in the art and 

conforms to the specification of Method 5100 of the Federal Test Methods 

Standard 191A. The results are expressed in pounds to break. Higher numbers 

o indicate a stronger fabric. The grab tensile test used two clamps, each having two 

jaws with each jaw having a facing In contact with the sample. The clamps hold 

the material in the same plane, usually vertically, separated by 3 inches (76 mm) 

and move apart at a specified rate of extension. Values for grab tensile strength 

are obtained using a sample size of 4 inches (102mm) by 6 inches (152 mm), with 

is a jaw facing size of 1 inch 25 mm) by 1 inch (25 mm), and at a constant rate of 

extension of 300 mm/mm. The sample is wider than the clamp jaws to give results 

representative of effective strength of fibers In the clamped width combined with 

additiÆnal strength contributed by adjacent fibers in the fabric. The specimen is 

clamped in, for example a Sintech 2 tester, available form the Sinteoh Corporation 

o of Gary, NC, and lrstrcn Model TM, available from Instron Corporation of Canton, 

MA, or a Thwing-AIbort Model INTELLECT II available from the Thwing-Albeit 

Instrument Co. of Philadelphia, PA. This closely simulates fabric stress conditions 

in actual use. Results are reported as the average of three specimens and may be 

performed with the specimen in the cross direction (CD) or the machine direction 

35 (MD). 

Extractable Ion test The extractable ion test measures specific levels of K, 

Na, Cl, Ca, nitrate, phosphate and sulfate ions present In the sample. The level of 

each ion present Is reported as milligrams per gram of sample. The extractable ion 

levels were determined using test method EST RP-00004.3. Section 7.2.2. 

Nonvolatile Residue Test: The nonvolatile residue test measures that 

leachables present on the sample. Results are reported in microgram per gram of 

sample and as milligram per square meter of sample. The nonvolatile residue test 

was conducted using test method ]EST RP-00004.3, Section 7.1.2. 
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Dynamic Wiping Efficiency: The dynamic wiping efficiency measures the 

ability of a fabric to remove liquids from a surface, usually for spill removal. The 

results are reported as the percentage of test liquid sorbed by the sample fabric 

after being wiped over the test liquid. The test was conducted using ASTM 06650-

01, Section 10.2. 

Wipe Dry Test (Version 1.0): The wipe dry test measures the dry area on a 

surface left dry after liquid is wiped from the surface by a specimen wiper. Results 

are reported in square centimeters. The equipment used to measure the wipe dry 

capability of the wiper is shown in FIGS. 11 and 12. The device used to measure 

to the wipe dry capability of wipers for liquid spills Is preformed with the equipment 

and method substantially similar as disclosed in U.S. Patent No. 4,096,311, which 

s hereby incorporated by reference. The wipe dry testing includes the following 

steps: 

1. A sample of wiper being tested is mounted on a padded surface of a 

is sample sled 8(10cm x 6.3 cm); 

2. The sample sled 8 is mounted on an traverse arm? designed to 

traverse the sample sled 8 across a rotating disk 9; 

3. The sample sled 8 is weighted so that the combined weight of the 

sample sled 8 and sample is about 770 grams; 

20 4. The sample s)ed Band traverse am 7 are positioned on a horizonta 

rotatable disc 9 with the sample being pressed against the surface of the 

disc 9 by the weighted sample sled 8 (the sled and traverse arm being 

positioned with the leading edge of the sled 8 (6.3 cm side) just off the 

center of the disc 9 and with the 10 cm centerline of the sled 8 being 

25 positioned along a radial line of the disc so that the trailing 6.3 cm edge 

Is positioned near the perimeter of the disc 9); 

5. 0,5 all of lest solution is dispensed on the center of the disc 9 in front of 

the leading edge of the sled 8 (sufficient surfactant Is added to the water 

so that it leaves a film when wiped rather than discrete droplets. The test 

10 solution is delivered from a fluid reservoir S by a fluid metering pump 4 

and on to the disk through the fluid nozzle 5, once the fluid dispensing 
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button 2 has been depressed. For this test, a 0.0125% Tergitol 15-8-15 

solution was used; 

6. The disc 9 having a diameter of about 60 cm is rotated at about 65 rpm 

while the traverse arm I moves the sled 8 across the disc at a speed of 

about 1.27 cm per table revolution (as set with the traverse an speed 

selector 6) until the trailing edge of the sled 8 crosses off the outer edge 

of the disc 9, at Mich point the test is stopped From start to finish of 

the test takes approximately 20 seconds; 

7. The wiping effect of the test sample upon the test solution is observed 

to during the test as the sled 8 wipes across the disc 9, in particular the 

Waged surface Is observed and a wiped dry area appears at the center 

of the disc 9 and enlarges radially on the disc 9; 

a. 

At the moment the test is stopped (when the trailing edge of the sled 

passes off the edge of the disc 9) the size of the wiped dry area in 

15 square centimeters at the center of the disc 9 is observed (if any) and 

recorded. To aid in the observation of the size of the area on the disc 9 

wiped dry by the test sample, concentric circular score lines are made 

on the surface of the disc 9 corresponding to 50 100, 200, 300, 400, 

500, and 750 cm2 circles so that the size of the dry area can be quickly 

20 determined by visually comparing the dry area to a reference score line 

of known area. 

The teat is performed under constant temperature and relative humidity 

conditions (23 41- 1 degrees 0,50% RH +1-2%). The test is performed ten times 

for each sample (5 times each with the outside and inside towel surfaces against 

25 the rotating surface). The turntable is cleaned with a wiper and distilled water, 

twice, before testing another sample. The average of 5 measurements for each 

surface Is determined and reported as the wipe thy index in square centimeters for 

that surface of the sample being tested. Higher turntable speeds may be used as 

a tool for differentiating between samples reading 1000 at 05". Material samples 

30 may be tested In the machine direction (Ni and In the cross direction (CD) of the 

samples. 
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Wipe lDiy Test (Version 2.0): An improved wipe dry testing apparatus has 

been developed and is shown in FIGS. 13- 18. The equipment Is functionally 

identical 10 the previously used wipe dry testing apparatus with the addition of 

image capturing technology. The new apparatus uses ultra violet light, provided by 

ultraviolet lamps 21, to illuminate test fluid on die disc surface 9 and a camera 23 

to capture an image at the test fluid remaining on the disc 9 when the test is 

stopped. A computer loaded with related Imaging software then computes the area 

of fluid remaining on the disc 9 and reports the dry area of the disc S. As such, the 

improved test method provides more accurate determination of the amount of fluid 

o remaining on the disc surface 9 and provides better reproducibility of results. 

The improved wipe dry test is conducted in the same manner as described 

above (or the Wipe Dry Test &ersion t.O) except for the following changes: 

1) The Improved test uses 4 mL of a 75 ppm Fluorescein sodium ask 

solution as the test fluid. The solution is made by adding 0.285 

is Fluorescein sodium salt Ørom Sigma-Aldrich, Cat Number: F6377-

1 COg) and 0.22g of Tergitol 15-5-9 to 3780 ML of distilled water. 

2) The wiper Is quarter-folded and oriented in the sample holder S such 

that the folded edge is the first to come in contact with the liquid. The 

quafler-loJding better replicates typical usage of the wiper in 

20 cleanroom environments. For a typical test, five repetitions are 

performed on each side of the fabric. The final wipe dry number is the 

average of those 10 repetitions. 

Porn Size Distribution Test: A pore radius distdbulion chart shows pore 

radius in microns along the x-axls and pore volume (volume absorbed in cc of 

25 liquid/gram of dry sample at that pore interval) along the y-axis. The peak pore 

size (rpeak) was extracted from this chart by measuring the value of pore radius at 

the largest value of volume absorbed from the distribution of pore volume (cc/g) 

vs. pore radius. This distribution is determined by using an apparatus based on the 

porous plate method reported by Burgeni and Kapur in the Textile Research 

30 Journal Volume 37, 356-366(1987). The system is a modified version of the 

porous plate method and consists of a movable Velmex stage interfaced with a 

programmable stepper motor and an electronic balance controlled by a computer. 
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A control program automatically moves the stage to the desired height, collects 

data at a specified sampling rate until equilibrium is reached, and then moves to 

the next calculated height. Controllable parameters of the method include 

sampling rates, criteria for equilibrium and the number of absorption/desorption 

5 cycles. 

Data for this analysis was collected using mineral oil (Peneteck Technical 

Mineral Oil) with a viscosity of 6 centipoise manufactured by Penreco of Los 

Angeles, CA in desorption mode. That is, the material was saturated at zero 

height and the porous plate (and the effective capillary tension on the sample) Was 

La progross)vely raised in discrete steps corresponding to the desired capillary radius. 

The amount of liquid pulled out from the sample was monitored. Readings at each 

height were taken every fifteen seconds and equillbæwn was assumed to be 

reached when the average change of tour consecutive readings was less than 

0.005g. This method is described in more detail in U.S. Patent 5,679,042 to 

15 Verona. 

EXAMPLES 

Examples 1 - 4 

20 Knitted polyester wipers were used as the base material for Examples I 

through 4. The wipers were l 00 percent continuous filament double-knit polyester 

provided by Quality Textile Company, Mill Spring, NC (QTC"). The fabric was a 
135 gsrn interlock stitch of 70 denier/34 filament yarn and having 36 courses and 

14 36 wales. (This material was used throughout sample testing and is referred to 

2s herein as the "OTC Control wiper.’) 

The OTC Control wipers were saturated in various baths containing various 

wetting agents as detailed in Table 2. The Surfynol 440, Surlynoi 485, and Dynol 

604 were obtained from Air Products Polymers LP, Dalton, GA. The Unithox 490 

was obtained from Baker Petrolite, Sugar Land, TX. 

After being saturated, the wipers were nipped between two rubber rollers, 

1.5 inch (38 mm) in diameter with a 1/16 inch (1.6 mm) gap between rollers of an 

Atlas Laboratory Wringer type LW-I, made by Alias Electric Devices Co. (Chicago, 

IL). The nipping pressure was controlled by weights attached to an arm that 
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I. 

applies pressure to the top roller. Pressure was applied through iterative nip 

passes until the desired wet pick up was achieved. Wet pick up and add-on were 

calculated using the following equations: 

%WPU = ((Ww - W0)Mo) x 100 

S %Add-on = (%WPiJ/100) x Bath concentrton 

Where, 

WR) = Wet pick up 

Ww = Wet weight after saturatonInipping 

Wv = Dry weight of untreated wiper 

Bath concentration = Concentration of wetting agent in bath 

Table 2 Wettina Acent Add-on 
Example WeIIin Agent W g) WD () %WPLJ 1 %Add-oi) 

SutoI 440 12.56 5,51 128 0.64 

2 Surtynol 4B5 13.23 6.343 147 0.74 

Oynot 604 12.42 5.912 110 use 

- 4 - Uiilthox 400 17.1 6.95 146 0.73 

Bath concentration = 0.5% 

15 Comparative samples were tested along with the samples of Examples 1 - 

4. The Comparative Example i was an untreated, OTC control wiper. Comparative 

Example 2 was a Texwipe Vectra Alpha 10 wiper, as sold by 11W Texwlpe 

Mahwah, N.JJ. Wipe dry test (Version 1.0) results for the Jab treated samples of 

Examples I .4 and for Comparative Examples 1 and 2 are shown in Table 3. 

20 

Tnh)n fl Winn flru TAM lvnrslnn I ifi Rn"Its for Ryarmples 1 -4 
rExample Example Example Example Comparative Comparative 

I 2 I3 4 Exam p!el Exam pLe2 
MD 2)
 168,67 1 60.00 1  75.00 75.00 0,00 0.00 

LCD km2) 1 143.75 1 62,50 I 82,50 90.00 0.00 1 0.00 

Examples 5 - 7 

In the same manner as outlined above for Examples 1 � 4, OTC Control 

25 wIpers were treated with Repel�o-tex (Example 5), Hydropol (Example 6), and 

LE 
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-lydrosystem (Example 7), all obtained from Rhodia, Inc., Cranbury, NJ. The 

wipers were saturated in various baths In The same manner as in Examples 1 - 4. 

All of the wipers of Examples 5 - 7 were saturated to a 0.6% add-on level. 

Absorbent capacity (water), vertical wicking and wipe dry results for these hand 

treated samples are shown in Table 4. Data for Comparative Example 2 (i.e., 

Texwipe Vectra Alpha 10) is included for comparison. 

Table 4: Test Results for Examples 5 - 7 

Examples ExamØe S ExarIe 7 
comparative 
Example 2 

Absorbent 
Absolute 

capacity l___  
3.330 3.290 2,860 2,669 

Capcity (water) Specific can, 2.820 2Y50 2.500 2.050 

15 seconds 3.200 3.100 2.967 0.200 
Vertiosi Wicking SO eeconds 4.333 4.267 3.967 0.200 

- CD (cm) 46 seconds 5.133 5.038 4.567 0,200 
50 seconds 5.700 6.667 5,100 0.200 
15 seconds 2,800 3.600 2.500 0.100 

Ve,toaI Wiokino 30 seconds 4.000 4.600 3.467 0.133 
� - MD (cm) 45 seconds 4.800 5,700 4.033 0.133 

60 seconds 6.367 6.267 4.400 0.133 

2 MD 75.00C 0.000 0.000 0.000 Wtpe dry CD 90.000 66.000 0.000 0.000 

ID As can be seen from the testing results for Examples 1 -7, as reported! in 

Tables S and 4, samples that had been treated with the surfactants of the present 

invention had better wiping, wicking, and absorbent properties than similar 

untreated wipers. 

Examples 8-11 

14 15 Examples 8 - 11 were all made using the same OTC Control fabric as used 

in Examples 1 - 7. The wipers were chemically treated, as delayed in Table 5, in 

the rinse cycle of the laundering process during the productIon of the wipers. The 

chemical surfactants were manually added during the rinse cycle through the 

same port used for adding detergent during the wash cycle. Chemical add-on was 

20 calculated by weight of the wipers. For example, for a 100 lb. load (45.4 kg) of 

Wipers, 8 ounces ( 227 g) of surfactant would be added to achieve a 0.5% add-on 

by weight. 

29 



40 

WO 207/O4W444 PCT1US2006/025453 64 
The wipers were washed by three rinse cycles, each 40 minutes In duration, 

With a water temperature of about 130 to 160 degrees F (54-71 degrees C). The 

wipers were then dried in a cleanroom dryerlor 20 to 30 minutes at R temperature 

of about 150 degrees F (66 degrees C). 

Table 5: Summary of EnmDIes 8-11 
flicarnpie Chemical Add-on % by W&) 

Surfyno 440 0.06 

RepoI-o-rnx 0.06 

10 Surfynol 485 0.06 

11 Dyid 604 - 0.06 

Absorbent capacity twister), absorbent capacity (IPA), verUcal wicking, water 

absorbency rate, water intake rate and wipe dry testing results for Examples 8 - 

are shown in Table 6. Data for Comparative Examples 1 and 2 (i.e., untreated, 

QTC Control and Texwipe Vectra ALpha 10) is included for comparison, 

is Table 6: Test Results for E  0-11 
Eximpb49 EKartTp(e 0 ExerErie rn EwnpIe1t Ocmpwae cOmParSIVe 

Water Asa.ber,y 6eOOfld 

Rate 
0,510 0277 COOs 0.050 .053 17.277 

 
WOOF Intake Rate I s0lda 1.716 1 N/A 1781 0.056 1 4/A 5.317 

Abeorbent 
cpacityQPA) 

Absol,A. 

9R!t1  

’?I 2.707 as&I 2250 2.970 2.241 

Spe1io oep. 2,201 1,073 2,240 204 2,052 1.72 

Absorbent tM t4°2 3,620 3.3Y 5.487 3.575  
SL,eoIflp cap. 2,414 2a.gt. 2.325 2.415 2.327 2056 

VeflkaWIc&hg - tflecands a838 35e7 3.038 3.100 833  
CD (cm) 30 seConds 4,533 4,832 4.067 4.400 3,867 0200 

46 seConds MOO 5,567 4.700 0.207 4.523 0,200 
Ooseconds ai33 6.235 L.  

VertFoeI Wfukhg- 2333 5,800 
-b. 

2.000 2.823 2.025 
MD (cm) 

,it920s 
30 seconds 4.667 t233 tOSS 2 007 0,I 
46 seconds 

__- 
eooO 5323 0E0 4600 4.400 0.133 

seconds 4.500 5.333 4.133 5,133 4.000 

Ws dry (08°) MD 200,000 0.000 0,000 
_Qfl_ 

0.000 
400,000 0,000 50.000 0,000 0.0000 0.000 

30 



WO 207/008444 PcrfUS2006/025453 66 
As can be seen from the testing results for Examples 6 - 9, as reported in 

Tables 6, samples that had been treated with the surfactants of the present 

invention (at lower add-onlevels) had better wiping, wicldng, and absorbent 

properties than similar untreated wipers. 

5 

Examples 12-16 

I Examples 12-16 were produced at CovilIe, Inc., Winston-Salem NO by 

I the following processing steps. 

I 
1. 100% continuous filament polyester yarn Is knitted in one of two pique 

10 patterns (Swiss or French - see Table 7) on a circular knitting machine 

I 2. Fabric was run through a continuous hot bath where a detergent was added 

to clean knitting lubricants oft the fabric. Scouring temperature was about 
I 

110 degrees F (43 degrees C) and the speed through the scouring process 

I was 40 yd/min (36.6 r&min). 

I is 3. Fabric bleached while with optical. 

4. Ilydrowlck finish applied to enhance wicking/absotption attributes. 

I 5. Sanitized finish applied for antimicrobial attributes. 

6. Cationic softener added to enhance hand feel. 

I 7. Fabric is slit open and finished on the tenter frame. 

I 20 8, Drying heat is applied In the tenter frame at a temperature of approximately 

I 360 degrees F (182 degrees 0); speed through the tenter is appro,clmately 

40 yd/min (36.6 m(mn). 

9. After exiting the tenter frame, fabric Is packaged in plastic wrap and sent to 

I 
a third party with the ability to cut the wipers into the desired size and sew 

25 the edges of the wiper to minimize lint generation 

I 10.014 and sewn wipers are then sent to K-C where they are laundered In an 

I SO class 5 oleanroom. 

11 Wash cycles approximate’y 40 minutes at a temperature between 130 and 

I 160 degrees F (54-71 degrees C). 

20 12.Wipers are then dried at a temperature of 150 degrees F (86 degrees 0) for 

20 to 30 minutes. 
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I, 

13.0nce the laundering process is complete, the wipers are doubled bagged In 

clear PVC anti-static film using a hand sealer. 

A summary of the Coville samples is given in Table 7. The control fabric of 

Example 12 was made as outhned above. Examples IS through 16 were also 

made by the process collined above, but with the ornssion of process steps 4,6 

and 7. 

Table 7: Summary of Examples 12-18 

[tamprs Knit Pattern Denier/Filament CoursosMalasI 
Control 15206) 75/72 64/40 

� French (22W) 7CIOO 60,40 

14 

L 
French, loae stitch 
(2222)_____________ 

70/100 58/40 

{1 Swiss 2209) 70/100 60/40 

I Swiss. loose stitch 
2221) 

7Q/1 56/40 
_______ 

10 Absorbent capacity (water), absorbent capacity (IPA), vertical wicking, water 

absorbency rate, water intake rate and wipe dry testing results for Examples 12-

16 are shown in Table 8. Data for Comparative Example 2 (I.e., Texwipe Vectra 

Alpha 10) is lnck,ed for comparison. 

Table 8: Test Results for Examples 12-16 
xan0 12 x,ne 13’ eamps ’4 Exanrpde 15 xeme IS corroemM 

Eme2 
Wetor Absorbency 

Rare 
Seconds 0.600 1.w7 I lIe 

_ 

0.657 0.400 1,277 

Water ire Rats esoonds 0.565 1 NUA p4/A WA N/A 5.317 
Absorbent Capac4y 

((PAl 

Abtute 
capaor (gi 

3323 2.954 3,366 2693 3.266 2.241 

Specific 
1W bec__ 

________ 
2.365 

______  
1.936- 

I_  

2.275 Teoo 
  

2.272 1.725 

Absorbent Cepacily Absolute 4462 3.642 3,916 a4eL. 
____  

3020 2.0 05 
iwserl Sceolno 2.33 2.442 aeRo 2.056 

Vsdio) YThkine 15s 2.37 3.138 3300 
_.L__. _2.656 

3500 0.200 
CD (cr15) 30 seoonde 4,000 4.560 6.600 4.767 U.200 

45 secoeds 4,3 5507 5.933 4,E7 5.837 0200.  
60 secc.ds 5,333 6,133  (AOO ___________ 

VartiCal Wioking (jkjeconds 3,000 8.657 5.000 
...1L._, 

2.033 3.000 
_E22_ 

MD (001) 10iea0rlde 4,157 4.700 5,000 5,000 
t,i,cords 4W? 5300 Sf00 

__Z_ 
4.733 5223 

___.1L 
0,133 

Seconds 5, 0,400 6,70i’ 6.7 0,133 ___SO 

Woe dry Ioni5 J MD 305.000 1000.00 1000.000 
_____  

1000.00 lxa000 
______ _L.CD 101 .__10<m,000 invem 1000,000 1 0.000 
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As can be seen from the testing results for Examples 12-16, as reported 

in Table 8, wipers made by the modification of filaments, deniers, courses and 

wales, as described by the present invention, had better wiping capability than the 

unmodified comparative wiper. 

EXAMPLES 17-24 

Additionai testing was conducted on Examples 8, 9, and 10 Similarly, Jour 

additional Examples were prepared and tested in the same manner: Example 1$ 

was the QTC control fabric treated with Repel -o-tax at a 0.5% add-on level; 

o Example 18 was the 010 control fabric treated with Hydropol at a 0.5% add-on 

level; Example 19 Is the 010 control fabric treated with Unithox 490 at a 0.5% 

add-on level; Example 20 is the 010 control fabric treated with Surfynol 440 at a 

0.5% add-on level. 

Samples were also prepared with conventional surfactants at add-on levels 

15 comparable to the exampios prepared with the surfactants of the present 

invention. Example 21 was the 010 Control treated with Mllease 1, from 101 

Americas Inc., at a 0.06% add-on level. Example 22 was the same as Example 21 

but the Milease I was at a 0.5% add-on level. Example 23 was the OTC Control 

treated with Synthrapol KB, 1mm lJnlqema (New Castle, DE) at a 006% add-on 

20 level. Example 24 was the 010 Control treated with Twoen 8504, from Uniqema, 

at a 0.06% add-on level. 

Comparative examples were similarly tested. As before, Comparative 

Example 2 was a Texwlpe Vectra Alpha 10 wiper, as sold by ITW Texwipe 

(Mahwah, NJ). Comparative Example S was a Milliken Anticon 100 wiper as sold 

25 by Milliken & Company (Spartanburg, SO). Comparative Example 4 was a Contec 

Polipe Light wiper as sold by Contec Inc. (Spartanburg, SC). Comparative 

Example 5 was a Berkshire LJltraSeal 3000 wiper as sold by Bershire Corporation 

(Great Barrington, MA). 

Ali of the samples were tested with the improved Wipe Dry Test (Version 

c 2.0) apparatus and methodology. Additionalty vertical wicking, absorbent capacity 

and dynamic wiping efficiency was tested for each Example. The testing results 

are summarized in Tables 9, 10, and 11. 
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Table 9 

ii 

Ernp xsnpie Sxanp)s Exp. ExarcIe 9xmpie ExampLe 
9 17 6 19 0 20 10 

0.06 0.5 0.5 0.5 0.06 0.05 c.06 

Absclu( 
cpadly 2.626 3.720 3.230 LasS 3.402 2.470 3.376 

Abao,bnt 
caoaaiv Srsedfic 

capadly 2.545 2.550 210 rL455 2.414 2210 2225 

15 sc 3.567 4.000 3.600 2.333 3.600 3.332 on 

VerS 20 sec 4633 a800 4.8004  4432 5.000 4,057 
WI dthg� 
CO (cm) 46 s�c 5.557 6.707 5.600 207 5.400 0.00 4.700 

60 sec 0,33 4 e4W 6033 6133  t500 t057 

10 sec 3M00 4.004) 3.700 2.500 2.333 3,500 2600 

Veycal 20 soc 4M67 5500 4.900 4.600 3.067 4.800 1232 
WcMng-- 
MD (cm) 45 sec 0333 , 6.600 6,Sec 5 ,300 3. 600 5,600 3,000 So 

ac S.e3 6,50) B.100 4SOO 62co 4133 

753 961 Te 

ae 

=2 817 ff___ W Pie 

VZO Mona % 94 94 Re 91 94 

  

Table 10 

Example L Example I 
21 22 

Example Example 
23 24 

Add-on 0.06 4, 0.5 0,06 0.06 

Absorbent capacity 

(Water) 

AboM&3.311 
oap0lW (g)  

Specific 

capacIty 

3.323 

2.351 2,316 

3.438 

2.386 

3.177 

2,271 

\Fefllcat Wicklng - 
CD (cm) 

Is seconds 2.600 4.000 2.281 2200 

30 seconds 3.700 5.600 3200 

3.967 

4.587 

3.500 

45 seconds 4.400I_6.267 4,1 

_4700 60 seconds 5.00  07.067 

Vertical Wicklog - 

MD (cm) 

IS aeconds 2300 4.000 1.033 

30 secotids 3.233fl&257_L1_ 

_2.000 

2.833 

46seconds 4.100 J5.933_2.700 

60 seconds 4.700 3.187J 

_3.500 

3967 

flje_dry,V2.0 cm2 607 

_6.76? 

971 Th790_751 

bynornlc WipIng 
Efflauence

 93 I[I t_05 
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Table 11 

Comparative Comparative Compamm’e comparatve 
Example 3 Example 4 Example S 

2,869 3.286 2.327 4.530 
Absorbent capucity (g) 

PaCLtV Specitic 
(water) capacIty 2.056 3.480 2.015 3.213 

IS seconds 0,200 2500 2 Boo 3900 
Vertical 30 seconds 0.200 3,333 -1- 3667  

Wickirig - CD 
45 seconds 0200 L 3.967 4,133 5.633 -L 
60 seconds 0.200 F 4,500 4.667 6033 
15 seconds 0.100 2633 3.000 1 No 

Vertical 30 seconds 0.133I3.400 _!L 4!&.. WickLg 
- MD 

(cm) I 45 seconds 0,133 4.533 6.667 
5.233IITi233 

Wipedry,V2.0 709 

_4.287 

824 
Dynamic 

_833 _780 

Wiping 88 90 58 91 
Etftcien9I I _____________ 

U 

As shown in Tables 9, 10 and 11, the Examples using the surfactants of the 

present invention demonstrated desired wipe dry testing results with add-on levels 

of 0.06 and 0.5 percent. The wipe dry capability, using the improved wipe dry test 

(version 2.0), was greater than 760 cm2 for the majoæty of the Examples using the 

surfactants of the present invention with most of the codes having a wipe dry 

capability greater than 860 cm’. Additionally, the wipe dry capability is directionally 

to confirmed by the dynamic wiping efficiency which was greater than 91 percent for 

Salt of the Examples tested having the surfactants of the present invention. 

The Examples using the surfactants of the present invention had better 

wipe dry capability (using the wipe dry test, version 2.0), vertical wicking and 

dynamic wiping efficiency than the Comparative Examples, the wipe dry testing, 

15 using the improved wipe dry test (Version 2) directionally showed the same results 

as shown with the previously used wipe dry test (Version ID). 

Additionally, some of the Examples using the surfactants of the present 

invention had better wipe dry capability, verttcal wicking and dynamic wiping 

efficiency than the Examples made with conventional surfactants. Two of the 

20 Exampfes (Example 21 and 22) using a conventional surfactant (Milease T) had 
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good wipe cicy values. However, particle and extractable on testing showed that 

these Examples made with conventional surfactants either had higher particle 

counts or higher extractable ions than either the Examples made with the 

surfactants at the present invention or the Comparative Examples. A summary of 

particle, extractable ion and pore size distribution testing for the Examples using 

suactant is shown in Table 12. A summary of these same tests done on the 

Comparative Examples Is shown in Table 13. 

Tshle 12 
Example 17 Example 20 pje2i Example  

Padicies by biaxial shake 
articles/m2xIa) 3112 8.92 

_Exam 

 54.38 
Extractable Na bonat,m) 0.4g70 0.3420 1.0200  

L_
 

extractable K ons(opm) 0.3430 0.1520 0.9330  
Ectnble CI ion(çQm) 05690 0.1420 04020 

% 

of Pores 0-20 micron 14.39 8.19  
%of Pates 0-40 micra, 31,19 17.06  

of Pores 80-160 micron 43.08 4.76  

Table 1 
- ComparatIve 

2 
Comparative 
ExaniIe 3 

Comparative 
j Example 4 ComparativeExample

 Example 5 
Partioles by biaxiaL shake 

parflcles/m2xl&) 4.17 7.1 6 5 12 

Extractabia Na tans (4crrU 0.151 0.19 8 0.049 
Extractable K Ions (ppm) 0.117 0.08 N/A 0.036 
Extractable Clone (ppm) 0.161 0.24 3 0.009 

% 

at Pores 0-20 micron 0.00 1.44 8.32 9.34 
% of Pores 0-40 micron 394 2.16 1244 19.37 

% of Pores 60-160 micron 6.01 2.18 30.08 47.54 

is As can be seen in Tables 12 and 13, the Examples illustrating the wiper of 

the present invention and having the desired level of wipe dry capability, also has 

the desired pore size distribution. Namely, a greater percentage of pores having a 

size less than 20 microns are present than found In the Comparative Examples. 

As is preferred for the wipers at the present invention, there are between 5 and 25 

20 percent of the pores are of a size lees than 20 microns and between 30 and 50 

percent of the pores of a size range between 60 and 160 microns. 

EE 
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The wipers of Examples 12-16 were also tested using the improved wipe 
2. 

dry test. Additionally, dynamic wiping efficiency, vertical wicking, absorbent 

capacity, pore size distribution testing, particles, and extractable Ions were also 

tested for each of Examples 12-16. A summary of the testing results is given In 

Table 14. 

Table 14 ____________ ________ 
Example Example Exampre 

12 I 13 1 14 Is 1 16 

Absolute 4.482 3.642 3.916 3,486 3,920 Absorbent capacity o)  
capacity I Specific 

________  

(water) capadty 2.883 2.442 2.685 2.367 2.666 114 

16 seconds 2.867 4 3,133 3,500 
__________ 

2 567 3500 
vsicaI 30 seconds 4.000 4.500  4767 

Wicking - CD 
(cm) 45 aeconds 4.633 $567 6.933 4.567 5.867 

60 seconds 5.32S 6.133 6.200 61323 6.500 

IS a sea rid a 3.000 3.867 3.000 2,933 3.000 
vertical 30 seconds 4.167 4, 700 6,000 3.867 5.000 

Wklrig-MD 
cm) 45 Seconds 4.967 &700 6.000 4.733 5.933 

60 seconds 5.6571 6.400 I 6.700 5.833 6.700 

Wipe dry, only  970 900 965 988 
12.0   

OWE 93 87 92 93 

% of Pores 0- 24.5z;23.15 2806 24,14 25.11 
20 micron  

% Of Pores 0- 43.05 35.58 43, 35,67 41.05 
40 mIcron  
%oiper" 

32.46 36.32 I 2774 43.03 3425 
60-1e0 micron  

Part}oles by particis&m2 
20.4 15.5 biaxial s,ake . 

Extractable ppm 2.260 0.316 Na ions 
E3tracabJe K0.1ton5 0.098 17 0.117 

Extractable Cl ppm 2.690 1.060 ions 

10 As previously discussed, the wipers of Examples 12-16 were produced 

using the fabric modification methods of the invention to achieve the desired pare 

size distribution of the Invention and subsequently the desired wipe dry capability. 

As can be seen from the results in Table 14, the modified structures of Examples 

13-16 had better wipe dry and wicking properties compared to the control fabric 
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CLAIMS 

We claim: 

I. 
A wiper for use in a cleanroom environment comprising; 

a knitted substrate of continuous, synthetic filaments, where the 

substrate has a surface and where the substrate is suitable for use in a 

ceanroon, environment, and 

a surfactant present on the surface of the knitted substrate. 

2. The wiper of claim 1 where the surfactant is selected from the group 

consisting of gemini surfactants, polymeric wetting agents, and lunotionalized 

10 oligorners. 

3. The wiper of any one of the preceding claims, where the surfactant Is present 

in an add-on amount of 0.5 percent or less, and preferably between 0.06 

percent and 0.5 percent, based on the weight of the knitted substrate. 

4. the wiper of any one of the preceding claims, where wiper has a vertical 

15 wicking capability at 60 seconds of 5 centimeters or greater. 

S. The wiper of any one of the preceding claims, where the wiper has an 

extractable ion content of less than 0,5 parts per million of Na ions, less than 

0.5 parts per million of 1< ions, and less than 0.5 parts per million of Cl ions. 

6. The wiper of any one of the preceding claims, where the wiper has Sax 106 

20 particles per square meter or less, by the Biaxial Shake Test (lEST RP-- 

CC004.3, Section 6.1.3), 

7. The wiper of any one of the preceding claims where the wiper has a dynamic 

wiping efficiency of 91 percent or greater. 

B. The wiper of any one of the preceding claims, where the wiper has a wipe dry 

25 capabiIty of 760 square centimeters or greater and preferably 850 square 

centimeters or greater. 

9. The wiper of any one of the preceding claims, where the knitted substrate 

comprises continuous polyester filaments. 

ag 
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PA1O LIMPIADOR FAfl CtThRTO LIMPIO 

Esta solicitud reivinclica prioridad a Is 

Solicitud provisional de parents he los Estados Unidos de 

5 America nümero 60/698.116, titulada "Pano Limpiador para Cuarto 

Limpio" presentada el 11 he julep As 2005, a sombre he Lori Ann 

Shaffer y sores, la cual as incorporada aqui pot referenda an 

$u totalidad. 

* 

10 Se pane atenciOn a una soljcitud relacionada 

titulada "afio Limpiadon fare Cuarto Limpio" a nombre de 

Shaffer y otros, expedients de archivo nümero 2172B Is  cual 

es incorporada aqui per referenda en an totalided. 

15 JqrECEDEWTES 

Los cuartos limpios son ampliamerite usados para 

fabricar, ensamblar y empacar productos y componentes sensibles 

panda as necesario para los varies procesos ci realizarse an un 

20 ambiente controlado sustancialraente libre de particulas y he 

otros potenciales contaminantes. Como tales, los cuartos 

�limpios son tipicamente Un ambiente confinado en at cunt Is 

humedad, la temperatura y to materia an particulas son 

precisamente controladas pars proteger a las productos 

25 componentes sensibles de la contaminacian pOr P0l’bo, moho, 

vru5, vapones perniciosos y otras particulas potencialrnente 

daninas. 
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Antp–iamente detinidas, las particulas pueden her 

cualquier objeto minimo en estado solids 0 liquids con limites 

ciaramente definidos, per ejemplo, on coritorno olaramente 

3 definido. Tales particulas pueden 5cr polvo, piel 0 pole 

humans, y steps desperdicios. En in relative orden de magnitud, 

in humane regularmente produce 100.000 a 3000.000 de particulas 

de in tarnano de 0,3 miorometros 0 mayores, par minuto. En 

algunos ambientes, tales particulas pueden ser miCrOOrganiSmOs 

10 a particulas viables (por ejemplo, organismos unicelulares 

capaces de multiplicaciOn, a una apropiada temperatura 

ambiente, en is presencia de aqua y de nutrientes) - Estes 

particulas viables pueden incluir bacterias, moho, levaduras, y 

similares. Las particulas pueden venir desde la atmdsfera 

15 exterior, los sistemas de site acondicionado, y is liberaciOn 

dentro del cuarto limpio es per procesos 0 per aquelios qua 

usan el cuarto. Cads articulo que es llevado en el cuarto 

limpia lleva consiga ci potencial dc introducir tales 

contaminantes en el cuarto. 

� 20 

Los cuartos limpios Se encuentran en industrias 

con productos y componentes sensibies tales come fabricacidn de 

microchips, fabrjcacjdn he monitores de LCD, fabricacidn de 

eiectrdnicos sensibles, farmacdutioos, y similares. Per 

25 ejemplo, en la fabricacidn de microprocesadores, tales coma 

micro-particulas pueden destruir con circuitos de Una roles at 

interferir con las capas conductivas score la superficie do is 



oblea. Estrictos controles y estÆndares han sido concebidos V 

son usados por todas la tales industrias para certificar Is 

limpieza del cuarto lirnpio. La mÆs critics as to necesidad par 

limpieza, la merLor tolerancia qua haya particulas dentro del 

cuarto limpio. 

La clasificaciOn ale lad cuartos linipios por Its 

estandares ISO, Se basan on el ndmero mÆximo de particular de 

Un cierto tamaæo qua pueden estar presentes. Por ejemplo, en Is 

10 fabricacidn de microchips, los cuartos tropics son Oeneralmente 

certificados por 2os ambientes do certificacaln ale la 

Organizacian Internacional ale Sstândares (ISO) Close 3. In 

ambiente ale la OrganizaciOn International de Estandares (ISO) 

Class 3 puede solamente toner un mâximo de 8 particulas par 

15 metro ciSbico que son ale 1 micrametro o mayores; 35 particulas 

par metro ciSbico que son Is 0,5 micralmetros 0 mayores; 102 

particulas por metro cbico One son In 0,3 miordmetros 

mayores; 237 partIculas por metro ciSbico que son ale 0.2 

micrOmetros o mayores; y Un maxims ale 1000 particulas par metro 

20 ciSbico que son ale 0,1 micrametros 0 mayores. Los ambientes de 

la Organizacidn Internacional on EstÆndares (ISO) Class 4 y 

pemmiten On aumenta incremental an las partioulas presentes en 

ci cuarta limplo que pueden scm apropiadas pars ambientes ale 

fabricaciOn menos criticos que Its ambientes necesarios pars la 

25 orqanizacian International de Estdndares (ISO) Class 3. 



Los paæos limpiadores son comiSnmente usadas en 

los cuartos Limpios pare Umpiar las superticies y las 

herramientas siendo introducidas en ci cuarto limpia, limpiar 

detrained y ci exceeD de quimicos de procesamiento 

5 desperdicios, cubrir equips sensible, y limpiar superficies 

dentro del cuarto limpio. En log ambientes de la Organizacidn 

Internacicnal de Estdndares (ISO) Class 3 de produccion de 

microchips, Paris limpiadores tejidos de poliester son 

comunmente usados. Mientras que son una parte necesaria de los 

10 procesos de producciOn, cada paæo limpiador puesto on ci 

ambiente del cuarto limpid tiene ci potencial de introducir 

particular potenclaimente defines on ci cuarto iimpio. 

La primers fuente potencial de particular es la 

is peiusa del pano limpiador mismo. La polish puede iievarse junto 

con ci page limpiador 0 puede 5cr qenerada del pans limpiador 

fienD. Tipicamente, pars Un page limpiador tejido do poiiØster, 

la peiusa es generada de log border del pano limpiador donde 

fragmentas sueitos del hiTh de pnliØster estân presentes debido 

20 a los proceeDs de terminate usados durante is fabricaciOn del 

pano limpiador. El seiiado de log bordes del pant limpiador, 

como Cs comænmente hecho per log fabricantes de tales panes 

iimpiadores, ayuda a aliviar is mayoria de este tipo de pelusa. 

25 Otra fuente potential do contaminantes adversos 

son Ids moiØcuias a stores en forma de jones o residuos dejados 

sobre ci pao limpiador. Estes contaninantes tipicamente vienen 
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del agua usada en el procesarniento de los rates limpiadores, 

los quilnicos anadidos pars mejorar las caracteristicas de 

desempeæo del date limpiador, o Is interacciOn humans con los 

panos limpiadores. For ejemplo, en is production de obleas de 

5 silicon para is producciOn de microchips, los jones tales come 

ci sodio (Na), potasio (K), y ci cloruro {CL( son comOnmente 

encontrados en los padre limpiadores pars cuartos limpios 

pueden causar serios probiemas de producciOn y pueden danar las 

obleas siendo producidas. For ejemplo, an is fabricacion do un 

10 microprocesador, los jones residuales pueden destruir los 

circuitos sobre la oblea al pegarse a la superficie de la oblea 

reaccionar con los materiales usados en Is creaciOn del 

circuits. 

15 Junto con ci potencial de introducciÆn de 

particulas en ci ambiente del cuarto iimpio, otro problems con 

el use de los paæos limpiadores para cuartos limpios so 

relaciona al limpiador de derrarnes y de exceed de liquidos 

Susados en ci procesamiento. Como as bien conocido, fibres do 

20 celulosa y de algodOn han sido usadas en toalias be pace’., 

trapos, panoa limpiadores y similares articulos. Tales 

articulos funcionan bien para absorber grander cantidades be 

liquido, pero no son compatibles con a’rbientes de cuartc iimpio 

ffÆs estrictos. On trapo de aigodan tejido, una toalia de papei, 

25 0 un paæo limpiador hecho de fibres de celulosa is poliester 

tienen mucho mayores cantidades de peiusa clue un pano iimpiador 

de poiidster tejido, isvado para cuarto limpio. El asunto pars 
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La 

reducir is cantidad ole pelusa con at 1150 de Un paæo limpiador 

tejido be poliester 65 una disminucian an la cantidad de 

capacidad absorbente(per ejemplo, It cantidad maxima be 

]Jquido qua ci pane limpiador puede soportar) para tales panos 

S limpiadores. 

Adicionaimente, mientras que tipices paæOs 

limpiadores tejidos de poliØster pueden remover los liquidos de 

superficiec criticas con frecuencia dejan algiSn grade de 

10 residuo Sabre las superficies despues be limpiar. Per ejemplo, 

una superficie limpiada per paho limpiacior par Un minuto usando 

Un paæo limpiador be poliester de 6 glamor con 6 gramos to 

alcohol isopropilo, mientras que is persona que limpia is 

superficie use un guante de nitrilo be S gramos, deja 19.3 

15 microgramos de residues (6ing/cm2) La mayoria del residue fue 

del pane limpiador y ci quanta con una minima cantidad siendo 

del alcohol isopropilo. Como se describid arriba, tal residue 

pueda causar problenas an ambientes de fabricaciOn sensibles 

tales come la produccidn de microchips. 

20 

En is fabricacidn de ciertos paean limpiadores 

santetCOS, los surfactantes had side aæadidos a la superficie 

del sustrato pars mejorar to capacidad del liquido de 

humedecerse sobre la superficie, ayudando a! pano limpiador a 

25 rapidamenze absorber ci iiquida. Sin embargo, tradicionales 

surfactantes produced residues e iones que pueden 5cr daæinos 
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en los ambientes sensibles de los cuartos limpios, 001110 SO 

describiô arriba. 

SINTESIS DE LA INVENCIóN 

5 

En vista de los problemas con la pelusa y los 

iones asi come la riecesidad do limpiar superficies secas an on 

crtica ambiente de cuarto limpia, Se desea ci tener in pace 

lirupiador para cuarta iimpio reticle, de baja ion, de baja 

$ 

10 pelusa con mayor capacidad para limpiar una superficie seca. 

Los panos limpiadores de Is presente invenc–On 

son capaces do limpiar una superficie seca en on ambiente de 

cuarto limpio. Tales paæos limpiadores estÆn hechos de on 

15 sustrato tejido de filamentos continuosl sintØticos y or 

adecuado para usar en on arnbiente de cuarto iimpio. on 

surfactante esta presente en It superticie del sustrato tejido 

puede 5cr on surfactante gemini, or aqente de hurnectaciOn 

I po].imOrica, 0 Un oligdmero funcianalizado. 

20 

En varias incorporaciorles, ci pano limpiador 

puede tener its cantidad anadida de alrededor de 0,5 par ciento 

o memos, por peso del sustrato tejado. ademÆs, Is cantidad 

anadida puede set de entre alrededor de 0,06 por ciento 

25 airededor de 0,5 per ciento per peso del sustrato tejido. En 

aigunas incorporaciones, ci paOa limpiador puede tener una 

capacidad do transmisiOn de liquido vertical a 60 segundos de 
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alrededor de 5 centtmetros a mayor; una capacidad de pa0o 

ltmpiador sera do alrededor de 760 centimetros cuadrados 0 

mayor; y/o una eficiencia de paæo limptador dinamica do 

alrededor do 91 por ciento o mayor. 

En algunas incorporaciories, ci paæo limpiador 

puede tener un contenido de ran extraibie de menos de alrededor 

de 0,5 Pastes por milldn de jones de sodio, menus de alrededor 

do 0,5 partes por millan de tones de potasio, y Inenos do 

10 alrededor de 0,5 partes por mjl].ôn de jones do cloruro y/o 

tenor alrededor de 30 x106 particular por metro cuadrado 

motor, por la Prueba de Agitado Biaxial (lEST RP-CCO04,3, 

section 6,1,3). 

15 En otras incorporaciones, cl pane limpiador puede 

rater una estructura tojida con una dis7ribuci6n de tamaOo do 

poro donde airededor de 5 a alrededor de 25 per ciento de too 

poros son as un tamaæa de alrededor de 20 micras 0 menus, y 

donde alrededor de 30 a alrededor de 50 por ciento de las pores 

1p20 son de un tamano en ci range desdo alrededor de 60 micras a 

airededor as 160 mjcras. 

La presente invancjOn es tambjen dirigida a un 

pano limpiador pars uso en en ambient- de cuarto limpio hecho 

25 de in sustraro tejjdo de tilamentos sjnttjcos continuos y que 

tiene una capacidad de pano lssnpiador sec.o de alrededor do 850 

centimetres cuadrados o mayor. 



En varies inoorporaciones, an surfactante gemini, 

un agents de bumeotado polimerico, o un oligOmero 

funcianalizado pueden estar presentes sabre la superficie del 

5 sustrato tejido. En varies otras incorporaciorles, or paæo 

limpiador puede tense una capacidad de transinision de liquido 

vertical a 60 segundos de alrededor de 5 centimetrOs o mayor, 

and eficiencia de limpiado dinamico de alrededor de 91 Pot 

ciento o mayor; o un contenido de ion extraible de manes de 

10 alrededor de 0,5 partes par miliorr de tones de calcio, Thenos de 

alrededor de 0,5 partes pot millon de jones de potasio, y memos 

de airededor de 0,5 partes pot millÆn de jones de ciorura V 

alrededor de 30 x 106 particulas pot metro cuadrado 0 manse, 

par la Prueba do Agitado Biaxial (lEST RP-CCOO4,3, secci6n 

15 6,1,3). 

En otras incorporaciones, ci sustrato tejido 

puede 5cr hecho de filamentos de poliØster continua a panda 

tenet una estructura tejida can Una distribuciOn de tamano de 

� 20 pore donde airededor de 5 a airededor do 25 pot ciento do los 

polls son de un tarnaæo de alrededar de 20 micron 0 menos, y 

donde airededor de 30 a airededor de 50 par ciento de los poros 

son de an tamaæo on el range desde airededoz- de 60 rnicras a 

airededor do 160 micros. 

25 

Finaimente, la presente invencidn es tairdnen 

dirigida a un pano limpiador pars usar an un ambiente do cuarto 
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limpid hecho de Un sustrato tejido de filamentos de pollØster, 

continuos y quo tiene Un suractante presente sabre Is 

superficie tel sustrato tejido. El surfactante pLaede ser on 

surfactante gemini, un agente de humectaoion polimerico, 0 in 

olgômero funcjonalizado. Adicionelmente, cl pano limpiador 

puede tener on contorted de ion extraible de money de alrededor 

de 0,5 partly par mjli.on do jones de sodia, menos de alrededor 

de 0,5 parlor par millOn de rates de potasio, y menos de 

alrededor de 0,5 partes per mil.ldn or inner de cloruro yb 

io 

tener alrededor de 30 x106 partioulas per metro cuadrado 

merios, par It Prueba de Agitado Biaxial (TEST RP-CC004,3, 

seccidn 61113) 

En algunas incorporaciones, el surfactante puede 

15 estar presente an una cantidad anadida de alrededor de 0,5 par 

cjento 0 menos, per peso del suatrato de poliester tejido. 

Ademas, As cantidad atadida del surfactante puede 5cr de entre 

alrededor de 0,06 por ciento y alrededor de 0,5 par ciento par 

peso del sustrato de poliØster tejido. 

20 

En varias otras i000rporaciones, el pano 

limplador ptiede tenet una capacidad de transmisidn de liquido 

vertical a 60 seguridos de alrededor de 5 centimetros o mayor, 

una capacidad do pao limpiador seco de alrededor do 850 

25 centimetros cuadrados o mayor,; una eficiencia de limpiado 

djnàmico do alrededor do 91 par cjento o mayor; 33/0 una 

djstribuojon do tamaflo do pars donde alrededor de 5 a alrededor 
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de 25 poi ciento de lot pulls son de an tamaflo de alrededor de 

20 micras o nienos, y donde airededor de 30 a alrededor de 50 

por ciento de los poros son de an tarnaæo an ci rarlgo desde 

alrededor de 50 micras a alrededor de 160 ruicras. 

BREVE DSSCRIPCIÔN DE LOS DIBUJOS 

is Figura 1 Cs una vista superior agrandada de un 

is 

10 paæo linipiador tea ion QUC tiene an patrOn de teido 

entrecerrado. 

15 

is Figura 2 as una vista en perspectiva agrandada 

de un paæo limpiador de polister tejido de Ia Figura 1, 

is Figura 3 as una vista superior agrandada de un 

paæo liinpiador de poliester tejido qua tiene un patrÆn de 

tejido an piquØ suizo. 

16 20 is Figure 4 eg una vista de la seccidn 

transversal agrandada del pano limpiador de poliOster tejido de 

is Figura 3. 

La Figura 5 as una vista superior aqrandada de urn 

25 pao lirnpiador de pollØster telido que tiene un patron de 

tejido de piquØ frances. 
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is Figura 6 as una vista de la secciOn 

transversal agrandada d]. pano limpiador cia po]Jester tejido de 

la Figura S.  

5 is Figura 7 as una vista superior agrandada de un 

peso timpiadar de poliCstr tejido que trend un patron de 

tejido de piquØ frances tejido oon una puntada suelta. 

I La Figura S as una vista superior agrandada de un 

10 patio limpiador cia poliester tejido que tiene un patron de 

tejida de piquØ frescos tejido con Una puntada apretada. 

La Figure 9 as our grdfica as una clistribucion 

reiativa do taniano de porn de las cnateriales de las Figura-, 7 y 

15 8 coma Se muestran come ci volumen do porn en centimetros 

cubicos per gramol en contra del radio cia pore equivalente (en 

micras) 

La Figura 10 es una vista esquernÆtica del aparato 

0 20 de prueba para usar con is prueba cia transmision de liquicice 

vertical. 

La Figura 11 as una vista an perspective del 

operate de prueba para user con ci procedimierito de prueba de 

25 patio limpiador sort. 
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La Figura 12 es una vista en perspective mas 

cercana de is muestra deslizada del aparato de prueba do Is 

Figura 11. 

5 La Figure 13 es Una vista frontal del aparato 

mejoradc de prueba para usar con el procedirniento de prueba del 

pado limpiador seco. 

La Figure 14 es otra viste trontal del aparato 

10 mejorado de prueba paid user con Cl procedimiento de prueba dcl 

pace limpiadar sees, 

15 

La Eigura 15 as una vista en perspective mas 

cercana del disco del aparato de prueba CM las Fiquras 13 y 14. 

Is Figura 16 Cs una vista superior en perspectiva 

de In niuestra deslizada union al conjunto del blaze del paI.o 

limpiador del aparato de prueba del paflo limpiador seco. 

20 La Fiqura 17 es una vista superior an perspective 

de is muestra desiizada pars user en Cl procedimiento cM prueba 

del paæo limpiador send. 

La Figura 18 es use vista de fondo en perspectiva 

25 de Ia muestra deslizada pure uses en ci procedimiento do prueba 

del pano lirnpiador seat. 
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DSSCRIPCIOI( DETALLADA 

Los panos limpiadores de is presente invenci6n 

tienen una capacidad ejorada pam Lirnpiar una superficie coca 

5 de un liquido a Un mad site grado que Its disponibies panos 

limpiadores tejidos de poilester actualmente en use on 

ambientes de c-uartos limpios. is presente invenciOn es capaz de 

lograr que esa capacidad de limpiar sees mejorada sea posible 

per multiples metodos. N primer metodo general ES l.a 

$ 

20 modiricacion de Is superficie del material del sustrato tejido 

pars mejorar ’a capacidad de limpiado or seco del paæo 

limpiador. On segundo mØtodo Qerieral part mejorer is capacidad 

de limpiado en seco Cs Is modificaciOn de is estructurs de Is 

tell tejida. Ambas do estas soiuciones generales son capaces de 

15 meorar Is deseada capacidad Is 12-nipiedo an send 

ndividuairnente 0 Como una combinaoidn de Its dos mdtodos. 

Do particular preocupaoidn es 15 capacidad de 

lirnpiar en sect en on ambiente do cuarto Limpid. Como Se Usa 

20 aqui, o]. "limpiado an sect" es is capanidad de Un pale 

limpiador on iimpiar mm superficie seca Is Un liquido sin 

dejar on residuo. Sc relations is capacidad dcl pano limp.ador 

de retirements ievantar ci liquido en is estructura del pano 

iimpiador durante is mociOn de limpiado conforme el oaæo 

25 limpiador is lievado a traves do Is superficie a iimpiarse. On 

oaæo limpmdor con una buena capacidad de liinpiado en seco 

soiarnente requerira una o dos pasacias sobre Is superticie, an 
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vez de mdlttples pasadas, para limpiar la superficie aeca dcl 

liuide presents. Una superficie que or limpiada an SeCO no 

tenors evidencic residual (por ejemplo, arroyos o gotas} dcl 

liquido. 

5 

Un pane limpiador con buena capacidad be limpiado 

an SeGa rapidamente ].evantarÆ at liquids an Its intersticios de 

la estruotura del material del pano limpiador y Se sestendrÆ 

ahj. durante at lirnpiade. La capacidad absorbents del pane 

10 limpiador as Is cantidad maxtma de fluids que ci pane limpiader 

puede contener y Cs diferente de Is capacidad de limpiado en 

sere del pane limpiador. On pane limpiador puede tenet are alta 

capacidad absorhente, pero no or capaz de tomar ripidamerite al 

iiguido. Tal pane limpiador con frecuencia empujarÆ at liquido 

15 airededor de 1-a superficie antes de que ci pane limpiaclor suede 

absorber ci liquido. Con frecuencia materiales que Sen usades 

rare aumentar Is abserbencia de tal pars limpiador (per 

ejemple, fibras de celulosa, particular sÆper absorbentes, 

etc.) resultardn en inaceptables niveles de peiusa, particulas 

20 y de ienes residuaies en los ambientes critice en Its cuales 

tales pafios limpiadores son usados. 

Las clasificaciones de It Organizacidn 

International Is Estandares (ISO) In lea amblentes de cuarte 

25 limpie estÆn basadas en los niveles de particulas presenter en 

ci aire de tales anihientea. Los cuartos limpios que tienen are 

mÆs baja ciasiicacion de la OryanizaciOn Internacienal de 



EstAndares (ISO) son ambientes muy sensibles 0 los 

contaminantes y consiguientemente tienen limit" rnSs halos como 

a los aceptables nve1e5 de particulas. Contrariamente, at 

nivel aceptable de parttculas presentes an at site del cuarto 

5 liinpio aumenta con Is olas–ficaciÆn de Is Organizacion 

Internacionl de Eatandares (ISO). For ejeinplo, ci cuarto 

iirnp–o doncfe senticonductores son fabr–cados son ambientes 

crtticos donde aün pequenas cantidades de particulas pueden 

daar a los semiconductores. Apropiadamente, la fabricaciOn cia 

iU serniconductores ocurre an ambientes de Is OrganizaciSn 

Internacional de EstÆndares (ISO) de Close 3 6 1. Los ambientes 

de la Organizaoion Internacional de Estandares (ISO) clase 5 y 

6, tales como los usados an cuartos limpios farmaceuticos y de 

bio-tecnoioqia, aiSn requieren cia controles pare los 

15 contarnnantas, pero son rnenos restriotivos gue los ambientes de 

la Organizacian Internacional be Estindares (ISO) clase 3 6 4. 

In consecuencia, los pales lirnpi&dores diaenados 

para user en estos ambientes deban 5cr adecuados para user en 

* 20 tales cuartos limpios criticos. Los panos limpiadores para 

usarse on los cuartos lirupios no deben afectar contrariamerite 

los niveles de contaminantes an ci cuarto limpio. NUentras qua 

no existe Un estdndar paid una particula aceptable y niveles de 

ion en los consurnibles del cuarto limpio (tales comb paios 

25 lirnpiadores) uno puede aproximar estos niveles con base in las 

promedos de la induatria para grandes fabricantes de tales 

consumibles para at cuarto iimpio. Promedios de los niveles de 



las particulas y dol ran, ambos presentes an loo paæos 

i–rnpiadores coniercialrnente thsponib1es, recorniendan Cl USC Sfl 

especijlcos arnb–entas no clastflcaclón is l.a Organizacidn 

Interriacional de stdndares(ISO) rare dl cuarto lirnpio que Son 

5 dados en Is Table 1. Los proinedios en Is Table 1 estAn basados 

en Panda llmpadores pals cuartos llrnpios cornercialmente 

dlsponibles de Centro Inc. (de sprtanburg, Carolina dcl. Sur), 

Milliken Company de Spartanburg, Carolina del Sur), 

Berkshire Corporation de Great Barrington, Maryland) y as rn 

U Texwipe (de Mahwah, Nueva Jersey). 

TASLA I 
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Para alcanzar tales limites estrictos de 

peiusa/particulas, los sustratos usados pars los pafios 

limpiadores para cuartos limpios necesitan ser sustancialmente 

libres de cualquier Libra suelta. For tribe, coma Se conoce en 

5 ci note, los sustratos del paæo limpiador Fare criticos 

arabientes de cuarto lirupio (tales como de clasificacion de Is 

Organizacidn Internacional de EstÆndares (ISO) clase 3) son 

generalmente heohos to hebras de filaments continuo. Los 

filamentos continuos son generalmente definidos comb Un hilo 

10 sin romper de fibra sintØtica hecha For on pollmero fundido 

extrudido a travAs be un hilador. Las flbras son enfriadas y 

entonces estiradas y texturizadas en pardon referidos como 

hilaza. 

15 Los paflos limpiadores para cuarto !impio han sldo 

hechos de algoddn tejido, espuma de poliuretano, poliester-- 

celulosa, y de nylon. Sin embargo, las Libras sintØticas son 

mâs comónmente usadas pars mØs criticos ainbientes de cuarto 

iimpioconforme
 generalmente producen mØs bajos niveles de 

20 pe]usa y son extraibles quo aquellos hechos con aJ.gæn grado de 

fibres naturales (por ejemplo, algodOn, celulosa, etc.). Tales 

fibres slnteticas pueden 5Cr poliester, nylon, polipropileno, 

palietileno, acrilicos, polivinilos, poliuretanos, y otras be 

tales tibras sintØticas como son bien conocidas. 

25 

El pollester es or material mAs comOn usado en 

ambientes de cuarto limpio. MØs particularmente, tales panos 



lirupiadores son tipicamente hechos de fibras dc tereftalato de 

polietileno (PET) Los r.iveles de pelusa de las paDs 

–impiadores roaches de polidater or doble tejido son lflas bajos 

que los passe limpiadores hechos dc otros materiales tales como 

materiales no tejidos, algodOn tejido, fibres cia rnezclas do 

poliØster-celulosa 0 similar-s. 

Mientras que at usa de otros filameritos 

sinteticos continuos puede usarse para hates ci sustrato del 

10 pano limpiador, ci tereftarato de polietileno (PET) as ci 

material mÆs comiSnmente usado dentro do los artthientes de OUartO 

limpio. Para facilitar Is descripciOn restante de to presents 

invenci6n, el sustrato del pafo limpiador de is presente 

inrenc–On sets descrito conic siendo hecho de poliester o de 

15 tereftalato de po].ietiieno (PET) - Sin embargo, comb so 

describiO arriba, otros polimeros sintdticos puedien usarse y no 

son intencionados para exoluirse de usarse on Is presents 

invenCiOfl. 

20 Los panoa iimpiadores tejidos die la invention son 

producidas per procedimientos convencionales de tejido y de 

procesamiento 00100 son courser y conocidos para tales paæos 

limpiadores para cuartos limpios. Primero, 100 par ciento cia 

una hebra de polidster dc filaments continua es tejida con ci 

25 deseado patron sabre one mâqui-na die tejido circular. .Tales 

patrones pueden incluir, pero no estÆn limitados a, un patron 

do entrecierre 0 Un patron die piquØ. La tela as entonces rajada 
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al desedo ancho y pasada a travØs de an continuo bao caliente 

donde Un detergente es anadido que lava los lubricantes teidos 

tuera he 2a cold. Sata pane del proceso es referida comb 

restregado. La temperatura y ’a velocidad del proceso de 

restregado pueden 5cr ajustacia como Se desee come es bien 

conocido en Cl arte. Par ejemplo, una tipica ternperatura de 

restregado es de 110 grados Fahrenheit (37,8 grados 

centigredos) y una tipica velocidad a travØs del proceso de 

restregado es de 40 hordes par minuto (36,6 metros pot minute). 

10 

La tela es enjuaqada en aqua Cal iente 

inmediatamente vuelta a enjuagar con un sisterna dee rociadc 

antes de entrar a Un rodillo de exprimido para remover el 

exceso de aqua. La tela entonces entra en in marco de bastidor 

15 Conde odor de secado as aplicado. La temperatura y in 

velocidad del marco de bastidor pueden ajustarse como Sc desee 

coma es bien coriocido en ci arte. Per ejemplo, one tipica 

ternperatura del marco de bastidor estÆ entre 340 y 370 grader 

Fahrenheit (171-188 grades oentigrados( y la tipica veiocidad a 

20 travØs del hastidor es de aproximadamente de 35-40 yarded For 

minuto (36,6-32,0 metros par minute). 

Despues dc salir del marco del bastidot, la tela 

no cortada en panos limpiadores del deseado tamaæo, y las 

25 fThras sobre los hordes del pane limpiador son fusior1adas 

juntas usando una mÆquina de seilado. Come es conocido en el 

arte, tel sellado puede lograrse per una cuohilla dc alambre 
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oaljente, union ultrasOz-Jca, seflado por laser, uniôn tØrmca, 

y smilares. 

Una one qua los bordes han side sellados, los 

5 paæos l–mpadorea son lavados en una Iavacjora de cuarto l–rnp–o. 

Durante el ciclo de enjuaqado, tratamientOs quiralcos pueden 

aplicarse a la tale. Como as conocido en ci arte, tipicas 

temperatures de enjuaqado pueden aster an el ranqo de entre 

airededor de 130 y 160 grades Eahrenheit (54,4-71,1 grades 

10 centigrados) Tipico tiempo de ciclo es entre 40 minutes y una 

hora. DespuØs de enjuagar ties veces an aqua des-jonizada ultra 

pura (tiltrada a 0,2 micraa) pars, remover ci exceso ic 

extraibles, los panos £ilrLpiadores entran en ci secador de 

cuarto limpio donde son secados a uric temperarura de 

15 aproximadarnente 160 grados Fahrenheit (71,1 grados cantigrados) 

por 20 a 30 rainutos. Una vez quo ha sido oompLetado at proceso 

cM latado, ios panoz tinpiadores son dobladoo embolados an one 

pelicuaa clara anti-estatica de PVC. 

20 El pollester es naturaimente hidrofObico qua 

trabaja an contra de is cieseada capacidad de limpiado en seco 

del pano limpiador pare rØpidamente recoger los liquidos. On 

mtodo de la invencion qua sobrepone este problema as el uso de 

tratamientos de modificacion de superfine. 

25 

Pars rnejorar la capacidad cia limpiado on seco del 

ptho llmpiador as deseado el minimizer IC diferencia de energia 
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de superficie (0 energia interfacial) an la interfaz de 

paliester/liquido pare asegurar que Cl liquido humedece la 

superficie del paflo iimpiador de poliØster. For ejempo, �1 

tereftalato de poiiettleno (PET tiene una enerqia or 

superficie dc airededor de 43 dinas pot centimetre, en tanto 

que la tensiOn de superficie dc]- aguc as de 72 dinas par 

centimetro. pare Un liquido ta]- come el. aqua do humedecer la 

superfJ-cie del tereftalato de poliettleno (PET), la abertura en 

Is energia dc superficie enre esa del aqua y J3 del sustrato 

I JO de terettaicto dc polietiteno (PET) debe minimizarse. (NOtese 

que la’energia de superficie" y Ia ’tension de auperficie" son 

I usadas intercambiadamente; Cs La costumbre ci near Is "energia 

de superficie" en referencia a sd].tdos y Is ’ftensidn de 

superficie" para Iiquidos En ci case del pane iimpiador de 

i poflest.er, is enerqia de superficie del pane limpiador necesita 

5cr aumentada cerca dc Is tension de superficie del Liquido que 

ci pane limpiador limpia. One puede desear ci aumentar Is 

energia de superficie del pane iirnpiador de poiiester mayor de 

50 dinas per centimetre. NIÆa deseabiemente une puede preferir 

20 ci aumenar Is energia de superficie del pane iimptador a mÆs 

do 60 dinas pot centimetre. Mn mAs deseabiemente, uno puede 

preferir ci aumentar ].a energia de superficie dcl pano 

limpiador a mAs de 70 dinas per centimetro e idealmente La 

energia de superficie nuede set dc SO dinas per centimetre a 

25 mayor. 
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Otra caractertstca reiecLonada que puede usarse 

pars determinar is humectabiitdad cia on sustrato es el. Anquin 

de concacto, el Ænquio forrnado par Is interfaz de 

solido/liquiclo y Is interaz iiquido/vapor cuedidas del lade del 

S liquids. El dnguio de contacto or aitamente dependiente de la 

energia de supericie del solids y del liquids en 

consideracidn. Si is energia to superficie del 1iquido as 

significativamente ruds alta que aqueiia del ablido, colon an ei 

case del agua y ci poliØster, led uniones cahesivas en ci 

iO iiquido serÆn mÆs tuertes que is atracciO2l entre ci iiquido y 

el aoiido. Este oraslonara qua al liquido cc got" en el 

sOfldo creando Un gran anqulo de 000tanto. Los liquidos 

solarnente humedeceran Las superticies cuando ci angulo de 

contacto sea do menos de 90 grados. Come use ads pequena 

is diferencia on Is energia do superficie entre el liquido y ci 

sduido proporciona un rnÆa pequeæo Ænyuio de contacto, uno puade 

mEaorar in humactación del solids al aiterar ci sdiIdo a ci 

iiquido de tal forma que la dierencia en Is energia or 

superficia as rninimizada. 

20 

Mientras que an anqulo do contecto cia menos de 90 

grades es requerido pars que el liquido moje Is superfine del 

pane iimpiador, 5� desea que ci ànquio de nontacto sea ado mÆs 

bajo pars una o\ejor humectacion de tai paæo iiinpiadcr. Es 

25 preerible que ci ªngulo de contacto sea dc menos de 80 grados. 

Es mall desasbie qua ci anqulo de contacto sea de menOs de Is 

grades. On angulo de contacto dc manes de 60 grades puede set  
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a0n man deseable. (In Ængulo de contacto de menos ole 40 grados 

puede ser aOn mÆs deseable. 

Convencionales surfactantes ban sido usados put 

5 muchos aæos part tratar telas no tejidas para promover la 

huniectacian as tales telas para usar en productos absorbentes 

tales comb pansies, productos para Cl cuidado feruenino, 

similares. Surtactantes tipioamente tienen una cabeza polar 

Un oola hidrofdbica (no polar) que, cuando Se colacan sobre la 

10 superficle hidrofolbica de Is tole, Se orj-entan a sl mlsmas pass 

proporcionar una superficie de tela que es humectable a los 

fluidos acuosos. 

Tales surfactantes son tipicamente derivados de 

15 sLjstancias naturales tales coma ÆcLdos grasos que tipicamente 

tienen cadenas que no son tan larger de 22 carbones de 

lonitud. Anâlogos sintØticos de derivadas de acido graso son 

tambien dLsponibles. Generalmente, tales surfactantes requieren 

que relativamente altas concentraciones de surfactante Sean 

20 usadas part lograr los deseados niveles de hurnectación 

absorbencia de liquldos. Tipicarnente, debido a sus caracteres 

segregados y duales polares y no polares, Its surfactantes 

convencionales tendern a alcanzar and concentracion critics 

(por ejemplo, Is concentraciOn micela critica 0 

25 carboximetilcelulosa (CHO)) a la cual el agregado de molØculas 

surfactantes ocurre en forma as micelas esfØricas donde las 

colas (0 partes hidrofOb–cas) convergen sabre si mismas fuera 



25 

de is fase acuosa. Se entlende b-en she cuando una 

relativainente carboxirnetid celulosa as aioanzada pass un t–pico 

surfactante, sus propiedades fisicas par ejemplo, activj.dad he 

superficie a capacidad pars inducir reducciOn de la tensiOn de 

5 superficie) Se desnivelan. TambiØn Sc entiende Pop la actividad 

de superficie cC Altamonte dependiente de in concentraciOn de 

surfractante. En or case Be pauses limpiadores para cuartos 

limpias, debido a preocupaciones sabre las particulas, Lanes 

residuos, as deseable ci usa he senores cantidades de 

10 surfactante Para lagrar Is minima, energia interfacial, 

preferiblernente cero, en ci pads limpiador de tereftalato de 

poliatileno/interfaz liquida. 

Convencionales, 0 s imp led, surfactant es 

15 qeneraimente consisten de una sara cabaza hidrofiiica y una a 

dos colas hidrofobicas. Ejemplos do tales convencionales 

surfactantes inciuyen a Synthrapol KB, Tween 85, Aerosol 07, 

on amplio range de esteres grasos etoxij.stados y alcoholes, que 

San erontamerite disponibles he vision vendedores tales coma 

20 Uniqema )de New Castle, Delaware) Cognis Corp. (de Cincinnati, 

Ohio), y de BASS (de Florham Park, Nueva Jersey) . Otras ciases 

de convencionales surfatantes incluyen a siloxanos polidimetil 

etoy.iratados disponibres de Dow Coining, GE, y otros) , y do 

fluoracarbones etoxilatados (disponibles he 3M, Dupont, y 

25 otros) 
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Los tratamientos de suparficie de Is presente 

invencidn proporcionan beneficios pars aplicaciones de pao 

limpiadar de cuarto liinpLo qua oonvencionales surfactantes son 

incapaces de proporcionar. Una do tales clases de surfactantes 

S sinteticos as conocida coca surfactantes gemelos tanibieri 

referidos conic suractantes dimØricos) A diferencia de In 

simple estructura on convencionales surfactantes, Its 

surfactantes gemini son caracterizados por rmdltiples grupos de 

cabezas hidrofilicas y do mdltiples colas hic4rofdbicas 

10 conectadas por on erilazado, comünniente liamado espaciador, 

localizado cerca de Its grupos de is cabaza hidrofilica. On 

tipico surf acjtante gemini conaiste cia dos simples 

convencionales surfactantes gue son unicios covalentes por Un 

espaciador. Los gropes as cabeza hidrofilica pueden set 

15 idOnticos 0 diferentes unos de otros y las colas hidrofObicas 

pueden set identicas 0 dUerentes ones do otras. Los 

surfactantes gemini pueden 5cr simØtricOs 0 no SinLØtricos. El 

espaciador puede set hidrotObico (por ejemplo alifitico 0 

aromAtico) a hidrofilico (pot ejemplo, poliØter), corto por 

20 ejemplo, 1 a 2 grupoS metilenO) o largo (par ejemplo, S a 12 

grupos mei1enoh rigidos 0 flexibles. 

isnicas caracteristicas de los surfactantes gemini 

iricluyen so capacidad do teducir Is tension do superficie de 

25 los liquidos a muy reducidas concentraciones con relation a 

convencionales surfactantes. Otra caracteristica distinguida de 

lot surfactantes gemini es Su comporraniiento agregado at 
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olucj-6n. Los Suractante$ gemin, tienen Is tendencia de 

agreqarse en micelac esfericaa manes ordenadas que las 

norn2almer)te ancontradas con convenoiona3-es surfaotarites. Como 

resultado, lQs surfactantes qenini son significAtivamente fRas 

5 ectivos de superficie y son significativarnente mÆs ef.kcientes 

(per ejemplo, efectivas a ruenores 0000entraciones qUe Los 

corivencionales suractantes) - Resultados dej- estudjo de los 

surtactantes qenini pueden encontrarse an ].a aiguiente 

referencia: "Estudio Teordtico del Comportamiento de la face do 

10 Suctactante Gemini", KM. Layn y otros, Diarj-o de Fisica 

quimica, volurnen 109, ndmero 13, pÆgs. 5651-5658, 1 octubre de 

1958, 

Ejemplos de tales surf actanes gemini 

15 cornercialmente disponibles incluyen a Dynol 604 (2,5,8,11 

tetrametil 6 dodecin-S, dial etoxilatado) Surfynol 440 

(etoxiiatado 2,4,?,9-tetrarnetil 5 decyn 4,7-diol (6?cido 

etileno-40% per pesol; Surfyaol 48$ (etoxiletado 2,4,7,9-

tetrameti1 5 decyn 4.7 -dial (axido etileno- 95 por peso; y 

20 Surfynol 420 (65% par peso de etoxilatado 2,4,7, 9-tatranietil 5 

decyrl-4)7 diol, 25 pot peso de tetrarnetil-5--decyno-4,7 

diol,2,4,?,9. Todos los taaes surtactantes son disponibles de 

sir Products Polymers L.P. de Dalton, Georgia. 

25 Otra clase de surfactanten sintØticos as de 

oflgomeros tunolonalizados. Los oligômeros funcionalizados son 

poliolefinas sint4ticas de bao peso molecular (pot ejemp].o, 
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polietileno, polipropileno, y sus copoflyneros) qua sari 

funcionalizados con grupos hrnoionaies polares tales coma Oxido 

de po].ietileno U Otros qrupoa tales coino âcido carbox1ioo, 

suifato, suitonato, bidroxil, arnina, arnida, anhdr–do, etc. 

S Estos o1i5rneras generalmente exhiben colas hidrofdbicas 

pojjolefines que oontenen inàs de 22 carbones. Generairnente 

fuerte adsorcion an ci tereftaThto de poliet.ilcno (PET) ocurre 

debido a ambas fuerzaa apolares (larga cadeno aiqui10 asi como 

fueraas polares entre Its grupos ester polares sabre ci 

10 tereftalato de polietileno (PET) y Los grupos polares sobre ci 

oiigômero funcionalizado. Generairnente estOs oligOnieros 

funcicnalizados, especiajmente loo oljqOrneros etoxilatados, 

ehiben bajos niveies de jones debido a e  grupO 

"etoxilatado" es no i6nico y as de carga neutral. Ejemplos de 

15 tales sustanojas comerc1alrnente disponibies iricluyen a Llnithox 

490 aLcoholes etoxilatados, etarlo homopoliniero (xldo etileno-

90% por peso) de Baker Petrolite de Sugar Land: Texas. 

Flnaniente, una taroera clase de tales 

20 surfactantes sintØticos son agentes de polimero de humectación. 

Los agentes polimeros de hurnectacidn son polmrneros sintØticos 

solubles on aqua tales comb pirrolidona polivinil, acLdo 

poliacrilico (PM , poliacrilanlida (PMI) slide sulfdnico 

poiiacriamo–do-mnetii-propano (PAPS) derivados de celulosa 

25 soiubes en aqua (a poijsacÆridos) tales como celulosa etil 

hidroxil etil (EHECJ carboximetil celulosa IGNO) y itiucEaos 

otros polisaoaridos solub].es an aqua. Otros polimeros soiubles 
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an aqua propietarios son hechos par Rhodta, Inc., be Cranbury, 

Nueva Jersey, e rncluyen Hydrosystern 105-2, Hydropol y Repe].-o--- 

tex QC-X-2 t15% cM dispersion do polietileno qlicol p011Sterf 

85% de aqua, c0,0006S dioxano,<0,0005 Oxido etileno) 

I Adernas do user Un aclitivo quimico tal como Un 

surfactante, otros trataniientos de superficie pueden usars 

pace ’nodificar 15 energa cM superficie del pano lirupiador. Per 

I 
ejempla, tratamientos be descarga de brillo IGD) par plasma 

I 
10 corona atmosferica. Trataralentos do descarga be brillo pueden 

I meorar la energia do superfine del tereftalato de polietileno 

I (?T) a rnÆs alto de 50 dines pot centimetro, too ende 

hacidndolo rids liumectabe a los fluidos scuosos. El tratarniento 

I

 

be descarga de brilla pot plasma atmosfdrica as preferible 

I 15 debido a que permite la oxidaoi6r1 de Is superficie (U otros 

I grupos polares) que Cs mae durable con el tiempo. TamblOn, el 

I tracamiento de fiania as otro pr000so quo puede alcanzar 

sirnilares resultados al tratamiento de descarga cM brillo (OU) 

20 otto potenciat tratamlento de superficie eo Is 

co-polimerizaciOn injertada cM radiaciOn inducida do mondrneros 

ttidrofllicos sabre eI tereftalato do polietileno (PET) . Tipicos 

mondrneros bidrotilicos (a monthmeros solubles an aqua) 2nuluyian 

pero no estdn limitados a pirrolidona N-vinil (JVP) , acids 

25 acri].ico, hidroxietil rnetacrilato (HEMA), etc., quo pueden set 

co-poiinierizaciOn injertada en el terefta].ato do polietilenn 

(PET) per via do radiac–ón qamir1a,  says electrdn, radiaciOn 
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ultra violets, 0 similar-9. Tamblen, es posible el combiner Un 

tratarniento de descarga do brillo G0) (plasma a corona 

atmosferica) para previo oxidar al tereftalato de polietileno 

(PET) seguido per at procesa de co-pol*merizacidn injortada de 

radiacidn inducida. El pass de previa ox–deción puede levantar 

Is energia de superficie del tereftalato de polietileno (PEP) 

de tal fox-ma qua en mad favorable humeotado del terefEalato de 

polietilerio (PET) per el monomers acu000 de Is Ca-

poli.ruerlzacidn inertada puede ocurrir. Per tanto, una major 

10 eficiencia do injertado y unifiormidad del injertado pueden 

ocurlflr. 

Los sutfactantes son generalruente aplicados a 105 

paos limpiadores durante el ciclo de enjuaqado del proceso de 

15 lavado de Ia producciOn de let pains liinpiadores as palldster 

tejidos. El process de lavado es ci mÆs convenlente lugar para 

afadir los surfactantes a lea paflos liropiadores coma lodes lea 

quimicos de procsamiento usados an In extrusion fundida do los 

fibras de tereftalato do polietileno (PET) y If fabricaclon de 

20 tales paflos limpiadores qua han side Lavados y no interferirdn 

con Is edician del deseado surfoctante. El surfactante es 

afladido a Is pals de enjuagar a un porcentaje par peso de 

aproximadarnente 0,06 a 0,5 per ciento per peso de Jos paæos 

limpiadores siendo enjuagados (por ejemplo, 1 a 8 onzas (28 a 

25 227 gramos) de surtactante par cada 100 libras (45.4 

kilogram") de paæos limpiadores) Los pafios liinpiadores son 

lavados con aqua filtrada ultra Pura des-ionizada a 0,2 micras 
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en and lavadora de 200 qalones (757 litros) dc capacidad. E 

tipJ-co tamano de la pi].a de passe limpadores lavados a la vez 

es de 200 Jibras (15,5 ki2ograrnos) de paæos lijopiadores. 

Sin embargo, atros metodos pueden usarse en el 

procesamiento be la production del paflo limpiador pare impartir 

tratamientos de superfine descritos arriba. Per ejemplo, one 

puede tratar fibras de tereftalato do polietileno (PET) 0 de 

hebra be tereftalato an polietileno (PET) seguido de ’a 

10 extrusion fundida y antes de devanar usando cualquier adecuado 

proceso de quimica hiSnieda (surfactante, polimeros solublea as 

aqua, y simi].ares( . Dc igual forma, el tratamiento de 

superficie puede incorporarse en la fibra durante Is extrusion 

fundida de ’as fibras. AJ.ternativamente, and puede tratar a’ 

15 tereftalato dc polietileno )PET tejido an forma de rollo 

usando convencional quimica h0nieda con saturaciOn, rociado, 

grabado, assume, matriz de ranura, 0 similares procesos 

seguidos por el secado. En otro mØtodo de tratamiento, and 

puede tratar al tereftalato dc polietileno (PET) tejido an 

20 forma de rollo usando convennional quinine hdmada ccci 

saturaciOn, rociado, grabado, espuma, matriz be ranura, 0 

sinilares proceeDs seguidos por irradiaciOn por gamma, rayo e, 

o ultra violeta, seguida por secado. Finalmente, uno puede 

tratar a’ tereftalato de polietileno (PET) tejido an una forma 

25 de rollo usandc, on tratamiento de descarga dc brillo 0 de 

flame. 
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edemas de cada uno de aster tratarnientos de 

superficie siendo usados individualmente, combinaciones de 

tales tratamientos pueden usarse juntas. A modo de un ejemplo 

no limitante, combinaciones de its clases de surfactante pueden 

3 usarse juntas. En otro ejemplo no limitante, cornbinaciones de 

in surfactante junto con tratamiento de plasma puede aumentar 

13 capacidad de lirapiar an sees del pano limpiador de poliester 

tejido. Uno con habilidad an 01 arte, en vista de is 

descripcidn anterior, puede der capaz de ver que rates Son 

10 numerosas co’rdj.naciones de tales tratamientos de superficie clue 

pueden usarse individualmente, o en combinacian, pars mejorar 

is capacidad de limpiado en seco del pane limpiador de 

poliester tejido. 

15 Alternativamente, 0 adems de, el tratamiento de 

is superficie de Is tela de pollester tejida, is estructura de 

la tela puede modificarse pare mejorar is capacidad de limpiar 

en seco del paæo Limpiador, ttentras qua Los inventores no 

desean sostenerse 0 limitarse a one particular teoria de 

20 operacion, Se cree qua It capacidaci del pano limpiador de 

pollester teida de absorber y retener aqua as una f’ancidn de 

Is estructura capilar de la tela. It fuerza capilar one impulsa 

al aqua en los cures de is tela as una funcibn de la tension de 

superficie de La interfaz Liqutdoqas, ci dngulo de contacto g 

25 el tamaæo del sort mismo. Como as bien conocido, los "pores" de 

una tela tejida son Its discretos vacios dc volumen dentro de 

Is tela coma so definen per lea filamentos cjue hacen al hiAo 
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(VaCIOS entre hilos/poros) y coma Se definen per let hilos que 

hacen a la tela telida (vacios entre-hilos/poros) 

El ângulo de contacto es ci  Angelo formdo par is 

5 interfaz sdltdo/Liquido y La intertaz liquido/qas medidas del 

lado del liquido. Mas pequeno ci AnguJ.o do contacto, mÆs 

efectivamente qua ci liquido Moara la superficie. El Ænguio de 

conracto as una funcidn de It tension de superficie del liqulda 

y It energia de superficie de la superficis receptora, y puede 

20 alterarse a travØs de tratamiento quimico de is superficie 

receptora, comb Se describid arriba. 

15 

La fuerza de impulso para la acciOn capilar puede 

expresarse per la siguiente fOrmula: 

Iuena 2 n r OL cosS 

Donde: r radio de la abertura de Pont 

, o tension de superficie liquido-gas 

20 0 Angulo de contacto 

25 

Coma la presiOn es In fuerza sobre Un Area dada, 

la presiOn desarroliada, denominada presiOn capliar, plead 

escribirse como: 

Presion capilar = (2LQ cos0)/r 



Qo 

34 

Mds grande la presiôn capilar, mas fuerte is 

fuerza que impulsa al liquido en los poros de is tela. Por 10 

tanto, a fin de maximizar is cantidad de fluido absorbido an is 

tela, use debe maximizar is presidn capilar. Esto puede hacerse 

al minimizar ci Æriguio do contacts y/o minimizar of radio do If 

abertura del poro. 

El desso de optimizar If estructura capilar de is 

tell at optimizar is distribuoiOn por tamaflo del poro as or 

10 maximizar ci porcentaje de los poros en el range de ta.mano de 

50 micras y menos. Estes mÆs pequeSos pores son and funcion cia 

Is estructura del bib {filamentos/hilo, estructura de 

filamento (en ranuras contra sin ranuras), denier de bib, y 

geomotria del Pilo (redondo contra seccian cruzada cortada) 

15 Pars maximizar ci limpiado seed, 20 a 75 par ciento de los 

poros de is tell tejida deben 5cr do Un tamaæo be 50 micras 0 

menos. Debe haberse enoontrado qua ci desempeæo do limpiado en 

said puede mejorarse per las telas que tienen 5 a 25 par ciento 

de poros de tan remand de 20 micras 0 Inenos. 

� 20 

in teoria, 100 per ciento de los pores quc son de 

50 micras 0 menos pueden resultar on una tela con un mÆximo 

limpiado en send. Sin embargo, at toner demasiados poros en 

este rango de tamaæo puede llevar a una cola a 5cr 

25 esencialmente impermeable al liquido. [in percentile (15 a 80 

per ciento) de los pares deben estar en ci rango be tamaæo de 

60 a 160 micras pars qua la tela sea capaz de sostener 
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cualquier cantidad Significative de fluido. Los poros en este 

rango de tamaAo estØn en funciOn de Is estructura de entre 

hills, IS cual es determinada per cl estilo de tejido (doble en 

contra de Un solo tejido) y un patron de tejido (par ejemplo, 

5 entrecierre en contra de piquØ). En general, tejidos senoillos 

tienen mas pequenos poros entre-hilos qua los tejidos dobles, 

los patrones de piquØ tienen màs pequenos poros entre-hilos que 

Its patrones de entrecierre. Sin embargo, tejidos simples 

tienden a generar mâs pelusa debido a su estructura que los 

* 10 Late menDs adecuados para user en un ambiente de cuarto limpio. 

Los tejiclos dobles son menos propensos a pelusas que los 

tejidos de pique, pero ambos son adecuados para usar an el 

cuarto limpio. El ajustar It estilo de tejido y It patron coma 

pars mantener una parte de los poros entre-hilos en ci rango de 

15 60 a 160 micras maximizarØ las capacldades de manejo del fluido 

de IS told (y par tanto ci limpiado on seco) He sido 

encontrado que ci limpiada en seco es mejorado con un page 

limpiador que tjene de 30 a 50 por ciento de poros dentro del 

rango de tenant de 60 a 160 micras. 

20 

La alteraciOn de IS estructura de tejido 

involucra el cembiar ci modo en qua los bibs son tramados 

juntos coma para optimizar cl tamano y el nómero de vacios 

disponibles para recibir el fluido. En ci tramado, un curso Se 

25 refiere a files horizontales de rizos y un oanutiilo a columned 

verticales de rizos. El disminuir ci nümero de cursos y de 

canutillos libera la puntada, aumentando el tamaflo de los 
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vacios disponibles pare recibir ci fluido. It apretado de Is 

puntada puede optimizarse al mejorar la capacidad de la tela de 

transmitir liquidos y de retener fluidos, dejando una 

superticie send despuCs del limpiado. Disrninuyendo ci nOitiero de 

S cursos y de canutillos por debajo do 30 llevara a poros que son 

rnuy grandes, resultando en una tej.a QUC as incapaz de retener 

tluido. El deseado range del ndruero do canutillos es de 30 a 45 

ci deseado rango del nümero de curses es de 35 a 65. 

* 

10 Otro mØtodo Para alterar Is estructura de is teld 

involucra ci cambiado del patron de tejido. Una rnayoria de los 

oasis limpiadores pate cuarto limpid estOn hechos con un patrOn 

tejido de entrecierre que tiene repetidos rizos sobre y bajo 

(vØase la Figure 1 [50x de agrandado] y la Fiqura 2 [40x do 

15 agrandado)). Alternatives patience de tejido pueden usarse Para 

reducir el tamano de las aberturas de Pero rnientras que Se 

maximiza el nOmero de parts disponibles. On ejemplo de tal 

patrOn de tejido incluye patrones do piquØ tales come los 

patrones del pique suizo (vCase las Figures 3 y 4, ambos a SOx 

20 do del frances las Fiquras 5 6, agrandado) y piquØ (vease y 

anibos a SOx de agrandado) disponibles de Coville, Inc. Los 

patrones de piquØ son un tejido mØs apretado que el patron de 

tejido de entrecierre. 

25 Las Figures 7 y 8 son micrOgrafos electrOnicos de 

escanear, a 50x de agrandado, one ilustran una coruparacion de 

una puntada suelta (Figure 7 y una puntada apretada (Figure 8), 



usando ci mismo patron de tejido (piquØ frances Coville) y ci 

misrno center de filamentos. Come se muestra an Its riquras 7 

8 xl de agrandado es la longitud de It puntada, x2 at ci ancho 

the in puntada, x3 Cs Is distancia entre los hilos y x4 as la 

5 distancia entre los canutillos. On anthiisis the estas variables 

para las telas desoritas an las Figuras 7 y 8 muestran que Is 

longitud de its puntada suelta (Figura 7) es de aproximadamente 

the 10 per ciento ms grande que squalls the una puntada apretada 

(Figura 8) y ci anoho as de aproxiniadamente 9 per ciento mayor 

10 cars 10 suelto en contra the lo apretado. La distancia entre los 

hijos para una puntada apretada es the aproximadamente the 275 

por ciento mayor que para It puntada suelta, y la distancia 

entre its canutillos as the aproximadamente 60 par ciento metes 

Para lo suelto que 1° apretado, 

15 

Como precis verse de las figuras, lo suelto del 

Patron de tejido reduce is distancia entre los hues. EstQ 

lleva a un mayor poroentaje be poros en ci range He 0 a 20 

micros y per tanto mejora ci desempeflo de limpiatho en 5600. Ono 

S20 ccmparacithn the las distribuciones the tamano del your paid is 

tela the puntada suelta the In Figura 7 y is term de piquØ the 

puntada apretada de Is Figura B es mcystrada en La Figura S. 

Como Sc muestra en is Figura 9, It tej.a the puntada suelta tiene 

un mayor voiumen de pores an ci range the 0 a 20 ri.icras. 

25 

On adicional mCtodo para mejorar ci limpiado an 

seco del pao iirupiador par is alteraciOn de la estructura the 
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la tela as por el aumento del contra de filarrientos. Un 

fiiamento Se refiere a led fibras individuales qua hacen Un 

solo nile a hebra. VŁase )as Figures 4 y �. Aumntando el 

numero de fiiamentos en una hebra disminuye ci tamaæo do 1.05 

pairs dentro de la hthra, Inelorando Is acciOn capilar de la 

hebra. Tipicos panos ]Jmpiadores tejidos de poiister para 

cuarto iimpio tienen un center be Cilanientos en ci range de 34 

a 60. Aumentando ci oonteo de filamentos arriba de 60 be una 

majors en cl iirripiado an 5000. El rango be conteo de fiiamentos 

0 10 pare octirnizar el linipiado en 5000 05 de 60 a 120. Las tells 

con tel ranqo de contea de filaments son consideradas 5cr telas 

de raicro-fibras. 

Otro metodo para mejorar la estruotura capilar a 

15 traves do is alteracian de in hebra es ci venaL 01 denier de 

is hebz-a. s2 disminuir el denier de Ia hebra mientras quo 

mantiene ci conteo be filamentos conotante resuita en mae 

pequenos didmetros de filamentos. Este tiene Cl fl11$flO efeato 

sobre ci limpiado en 50cc como ci eumento del onnteo de 

20 filarnento par hebra; disminuye ci tamaæo de Los porOs dentro de 

Is hebra 

Finaimente, is capacidad de una teia do 

rransmitir ci J.iquido y retener ci fluido suede mejorarse par 

25 In alteracidn de i.e estructura de la hebra misma. (ma mayoria 

de los tejidos usados en ci cuarto limpic son hechos con hebras 

one tienen una secoin cruzada cilindrica. Crear cortes en In 



39 4-76 
hebra nuede aumentar ci nOmero de vacios disponibles para 

recibir al fluLdo. Estos cortes pueden lograrse de dos rnodos: 

la )ishra puede comprarse con urLa oruz cortada 0 por ci 

tratainiento rnecÆnico de la superficie de la tela para "doblar" 

5 las hebras, creando aortas en La seociÆn transversal. 

La segunda opciOn puede loyrarse al crepar la 

I tela usando una cuahulla doctor. come Se anotó arrTha, estO 

I re.s coz-tes en La hebra que aumentan ci rea disponible para 

I 

.0 sostener ci fluido. El crepado de las telas no tejidas y de los 

I 
tejidos de celulose colocados humedos es bien conocido an cl 

arte y puede 5cr iyualrnente aplicado a las telas tejidas dc la 

presente invencian. Ejemplos del crepado dc telaa pueden 

I 

enoontrarse en las patentes dc los Estados Onidos dc Midrica 

I 5 nOmeros 4.82D.556, 6.150.002; 6.613.980; V 6.835.264. El 

I crepado de la tela con una cuchilla doctor esencialmente dobl 

la hebra, crea ranuras que aumentan el nlSmero do vacios 

disponibles para recibir al fluido. La tela as pasada halo una 

cuchilia doctor que mecÆnicamente comprirne la tale, grahando 

20 las ranuras en La hebra. Estas ranuras aumentan i-a cantdad dc 

espacio disponible para recibir y retener a]. fluido. Varier el 

diseflo de la cuchilla doctor puede alterar la cantidad de 

conpactacin de las experiencias de la tela, Para esta 

so].icitud, las cuchillas doctor que suininistran cornpactaciOn en 

25 ci ranqo de 10 a 20 por ciento son suficientes para dar una 

mejora al limpiado an seco. 
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AdemÆs, de cada una de estas nodiflcaciones de Is 

estructura do la tela siendo usadas individualrnente, 

combinaclones de tales modificaciones pueden usarse juntas. A 

mode de ejemplo no lirnitante, un nano lirupiador de poliester 

S tojido puede hacerse con on patron de piquØ frances, un conteo 

do fijarentos de 80 y 60 cursos can 40 canutillos, Otto 

ejemplo puede 5cr on patio limplador hecho con on patron de 

entrecierre, y un canted Is filamento de 120, donde el paæo 

limpiador es crepado. Uno con habilidad an ci arte, en vista de 

10 In descripciOn arrba, puede ser capaz de vet due hay numerosas 

combinaciones de tales modificaciones a is estructura de Is 

tela que pueden usarse iridividualmente, 0 an combinaciOn, para 

mejoror la capacidad de limpiado en seco del paæo limpiador de 

poliØster tejido. 

15 

rinainiente, los mCtodos de tratarniento do 

superticie y lay modificaciones de estruotura de is tela pueden 

usarse en combinacion pare xnejorar Is capacidad he 21napiado en 

seco del patio lirupiador de poliCster tejido, A modo de eemplo 

20 no limitante, un patio limpiador do poltCster tejido puede 5cr 

hecho de un patron he piquØ frances. on conteo de filamentos de 

80, one tiene 60 curses con 40 canutillos, y tratado can Un 

surfactante gemini tal comb Surfynol 440. Otto ejemplo puede 

5cr un pane llrnpiador hecho can un patrOn de entrecierre, on 

25 conteo de filamentos Is 120, donde el patio limpiador as crepado 

to superfine tratada per plasma atmosfCrica, (Jno con 

habifldad an e2 arts, en vista de Is descripciOn arriba, puede 
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5cr capaz de ver que hay numerosas combinaciones de tales 

rnadificaciones a is estructura de It tela y tratamientos de 

superficie que seeded usarse inclividualmente, o en combinacian, 

para mejorar la capacidad de limpiado an seco del pano 

5 li.mpiador de poliØster teido. 

P RUE BA S 

Prueba Vertical do Transmisian do Liquidos: La 

10 prueba vertical de transmisidn de licluidos .mide la altura del 

aqua que puede verticalmente transrnitirse per is muestra en on 

periodo de tiempo case. Es proporcionado Un recipiente 0 que 

contiene aqua destilada puriticada/o des-ionizada. On extremo 

de la muestra de 25 milimetros por 203 milimetros Cl pulada 

15 por 8 puiqadas) es agarrada y el otro extremo as colocado sri el 

fluido de tal forma que as extiende 2.5 centimetros en ci 

mismo. un aparato 30 puede usarse similar a aquel descrito en 

la Figure 7. On bronhe de papel 32 U otro peso puede usarse 

veto clue pose Cl extremo interior de la muestra 34 y prevenga a 

20 la muestra de enroscarse y permitir at extreruo inferior de Ia 

muestra ci prontamente sumergirse on ci aqua 40 en ci 

recipiente. Bioques de soporte 36 mantienen is muestra a una 

altura fijada. El grado dc migracion del liquido en centlmetros 

es medido a intervalos dc 15 sequndos, 30 segundos, 45 segundos 

25 y 60 segundos. Una regla 38 u otra dispositivo pueden usarse 

para determiner ci grado de migracion del liquido sobre is 

muestra. Pruebas son conducidas an una atmosfera de iaboratorio 
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de 23 t 1 grade ceritigrado y 50 – 5% de humedad rejativa. La 

transm–sidn vertical de liquida Para Is muestra es dada coma ci 

promedio is al menDs tres muestras. La prueba be transmisiôn 

vertical de liquido suede rea]Jzarse sobre muestras tomadas a 

5 to largo de is direccian a Is maquina (MD) 0 de Is direccion 

transversal a is mâquina (CD) de is muestra. 

Prusbt de la Capacidad Absorbentet Coma as use 

aqul, la "capacidad absorbente" as refiere a la cantidad dc 

10 liquids que una rquestra inicialmente de 4 puigadas per 4 

pulgadas (102 milimetros por 102 milimetros) be material puede 

absorber mientras estd en contacts con un charco as 2 pulgadas 

(51 miiimetros) de profundidad dc liquids a temperatura 

ambiente (23–2 grafts centigrados) par 3 minutos – 5 negundos 

15 an una atmdsfera estØndar de laboratorio de 23 – 1 grados 

centigrados y SO – 2% de bumedad relation y ann retener despues 

de removerse del contacto con an liquids y agarrarse pot pinzas 

par una pinza dc un punts Para drenar per 3 minutes – 5 

segundos La capacidad absorbente as expresada coma ambos la 

20 capacidad absoluta an gramos dc iiquido y como una capacidad 

especifica de grarnos de liquida sostenidos per Plano be fibra 

seca, comb se mile al mad cerca 0.01 granDs. Al nenos tree 

rnuestras son predates Para cada ejempio. Las ejempos pushed 

probarse Pon su capacidad absorbente an ague y SU capacidad 

25 absorbente an alcohol isa5Oio (IPA) 
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Tasa do Absorbencia do Aqua: Comb Se u5a aqu, la 

"Tasa de Pbsorbencia de Aqua" as una ruedida de la tasa a Is 

cual un material de muestra absorbers aqua at medir el tiempo 

requerido para qua so mote a 100 por ciento de su superficie 

5 per aqua destilada. Para medir is Tasa de Absorbencia de Aqua, 

son usadas muestras secas de 9 pulgadas par 9 pulgadas (229 

nilimetros per 229 milimetros). Al metal ties muestras Son 

probadas para cads ejemplo. La prueba es conduci.da en una 

atmOsfera estÆndar de laboratorio de 23 – 1 grados centi.grados 

10 y 50 – 2% de huinedad relativa. Es proporcionada una dates que 

tiene Un diÆmetto interno mâs graride quo cads muestra y use 

tiene una protunthdad de mØs de 2 pulgadas (51 mililtietros) . La 

batea Cs llenada con aqua destilada a una profundidad de aJ. 

nienos 2 pulgadas (51 milimetros) l aqua es dejada Per treinta 

15 ruinutos para permitir at aqua de equilibrase a is temperature 

ambiente (23 – 1 graded centigrados) Un cronometro exacts y 

capaz de leerse a 0.1 segundos es iniciado cuando is priruera 

muestra contacta el aqua. El cronometro es detenido cuanda 13 

superfine on las muestras est completamente mojada, par 

20 100 Los resultados son reqistrados an ejemplo, par ojento. 

segundos, at flea cercano 0,1 segundos. La tasa de absorbencia 

as el promedlo de las tres lecturas de absorbencJa. 

Tan do Tonia do Agua: La tasa de tots de aqua es 

25 ci ciempo requerido, en segundos, para una muestra para absorber 

cornpletamente ci liquido en at tejido an contra del asentamiento 

sabre la superficie el material. Especificamente, 1, toma de 
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aqua es determinada de acuerdo a Is norma ASTM No. 2410 median  

entregar 0,1 centimetros cübicos As  aqua con are pipet, a la 

superficie de material. Cuatro (4) qotas de aqua (2 gotas por 

lado) de 0,1 centimetros c(abicos son aplicadas a cada superficie 

S de material. El tiempo promedia, en segundos, para qL]e las 

cuatro qatas de aqua se transmitan adentro del material 

(direcciOn-z) es registrado. Los tiempos de absorcidn mÆs pains 

son indicativos do una tasa de toma mâs rapida La prueba es 

corrida a condiciones de 23 */- 1 grado C y 50% +/ 5% de 

10 humedad relative. 

Prueba do alias Goibot to cantidad da hi2a8 Para 

and muestra dada due determinado de acuerdo a la prueba de hilas 

Gelbo. La prueba de hilas Gelbo deterrnina at niSmera relative de 

15 particulas liberadas desde una tela cuando esta as somete a an 

flexionado continuo y movimiento de torcido. Esto Sc lJ.eva a 

cabo de acuerdo con ci metodo de prueba INDA 160, 1-92. Una 

muestra es colocada en una cdmara de fiexidn. Al. der Ueaionada 

la muestra el area as retirada desde la cÆmara a 1 pie c6bico 

3 20 par minuto (0,028 metros cdbicos por rninuto) para contar an LUI 

contador de particulas J.âser. El contador de particulas cuenta 

las particulas respecto del tamano paid menos de 0 rnds de un 

cierto tamano de particula (par ejemplo, 25 .micras) usando 

carLales pare medir las particulas. Los resultados pueclen sea 

25 reportados como las particulas totaies contadas sobre dies 

periodos de 30 sequndos consecutivos, la concentracidn maxima 

lograda en uno de los diez periodos de cuenta 0 como us pramedic 



be los diez periodos de cuenta. La prueba indica ci Potential 

de qeneraciOn de hi].as de Un material. 

Partioulas FÆcilaen�e Liberables xnedj.ante Prueba 

do Aqitacion Biaxial; to prueba be agitaciOn biaxial bids el 

nümero be  particulas en or range Os tamano de 0,5 milimetros y 

20 micras despuØs be agitar el especimen an el aqua. Los 

resultadse son reportados pare lot ranges do tamaæo de particula 

como ci nOmero de particulas por metro cuadro cuadrado be 

10 espØcimen. La prueba de agitaci.on biaxial fue ilevada a case 

usando ci metodo do prueba TEST RP-00004,3, SecciOn 6,1,3. 

Pruebt do Resistencia a la Arasión Taber: is 

resistencia a it abrasion Taber .mide is resistencia a ja 

15 abrasiOn en tØrminos be destrucciOn be it tela producida per una 

action de trotter qiratorio controlado. La resiatencia a la 

abrasiOn es medida de acuerdo con e]. mØtodo 5306, mOtodos de 

prueba federal estAndar No. 191A, excepts come as otra manera Se 

note aqui. SOlo es usada una suede Onica para erosionar ci 

127 20 especimen, On espOcimen be 127 milimetros per milimetros es 

asegurado a una plataforma be especimen be un raspador estandar 

Taber (modelo No. 504 con ci soporte de esp�cimen modelo No. E-

140-151 teniendo una rueda de frotac6n No. H-iS) sobre In 

cabeza be raspado y Un contrapeso be 500 graces sobre cada 

25 braze. La pØrdida en resistencia al rompimiento no so use como 

ci criterio part determinar Is resistencia a la abrasiOn. Los 

resultados son obtenidos y reportados an ciclos be abrasiOn a Ia 
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falls en donde If falls fun considerada qua ocurr–O en ese punto 

en donde es producido un oriticlo de 13 milimetros dentro de la 

tela. 

5 Prueba do Tension do Agarre: La prueba de 

tension de agarre as una mediada de is resistencia at 

rompimiento de una teia cuando se somete a un esfuerzo 

unidireccional. Eats prueba is conocida en at arte y Se 

conforms a la especificación del mtado 5100 del estAndar de 

10 metodos de prueba federal 191A. Los resuitados son expresados 

an libras at rornpimiento. to nOmeros superiores indican una teia 

mar fuerte. La prueba de tension de agarre usa dos abrazaderas, 

cada una teniendo dos quijadas con cada quijada teniendo una 

cars n contacto con la muestra. Las abrazaderas sostuvieron at 

15 material en ci piano de muestra, usuaimente en forma vertical, 

superada per 76 milimetros y Se movie y separo a una tasa de 

extensiOn especifica. Los valores pars Is resistencia a is 

tension if agarre son obtenidos usando Un tamaæo de muestra de 

102 miitmetros per 152 miiimetros, con un tamano de cara de 

20 qijada de 25 rniiimetros per 25 milimetros y una tasa constants 

de extension de 300 milimetros par struts. La muestra es mas 

ancha qua las quijadas do agarre para dar resuitados 

representativos de is resistencia efectiva de las fibres an ci 

ancho abrasado o cambinado can Is resistencia adicional 

25 contribuida par las fibres adyacentes en Is tela. El espØcimen 

as sujetado en, per ejempio, un probador Sintech 2 disponibie de 

Sintech Corporation de Cary, Carolina del Norte, y ci modeio 
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matron TM, disponble on matron Corporation de Canton, MA, 

ci modelo Thwing-Albert INTELLECT II disponibie de Thwing-Albert 

Company de Philadelphia, PA. Este simula may cercanamente las 

condiciones de tension de tela en ci uso real. Los resultaclos 

5 son reportados coma el promedio de tres especimerles y puede 

ilevarse a cabo con ci especimen en la direcciOn transversal 

(CD) o en Is direction de Is mÆquina (MD) 

La Prueba do ion Extraible: La prueba de ion 

10 extreible mide los niveles especificos de jones K, Na, Cl, Ca, 

nitreto, fosfato y suiCato presenter an la muestra. El nivel de 

cada ion presente or reportado comb mj-iiqrarnos per gramo de 

muestra. Los niveles de ton one pueden 5cr extraidos fueron 

determinados usandc, ci metodo de prueba lEST RP-CCO04,3, Section 

15 7,2, 2. 

Prue}aa do Reaiduo No Volitil: La prueba do 

residue no volthtil mide los filtrados presentes an Is muestra. 

Los resuitados son reportados an microgramos por gramo de 

20 muestra y come ndiigramo pox metro cuadrado do muestra. La 

prueba de residua no voLâtil fue llevada a cabo usando ci metodo 

de prueba rEST RP-CCU04,3, SecciOn 7,1,2. 

Eficiencia do Limpiado Dinaaico; La eficiencia de 

25 limpiado dinOmico mide La capacidad de una tela para remover 

liquidos de una superfine, usualrnente para remover derrames. 
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Los resultados son repartados como ci parcentaje del liquids de 

prueba absorbido par la tell de muestra despuØs as haberse 

lirapiado sabre ci ii.quido de prueba. La prueba Se llevô a cabo 

usando la norma ASTM D6650-01, Seccian 10,2. 

Prueba do $ecado do Linpiado (Version 1,0) La 

prueba dc secado de limpiado mide el area sees sabre la 

superficie dejada seca despuØs de qua ci. liquido S limpiado de 

Is superticie por Un lirupiador de espØcimen. Los resultados 5cr. 

10 reportados en centimetros cuadrados. El equipo usado as para 

medir la capacidad de limpiar y secar del limpiador y as muestra 

en las figuras 22 y 12. £1 disposltivo usado Para medir Is 

capacidad de secar y limpiar de los limpiadores Para los 

derrames liquidos Sc llevo a cabo con el equips y los mØtodos 

15 esencialinente simil&res a aquellos dascritos en Is patente de 

los Estados Unidos de Pundrica Na. 4.096.311, la cual an 

incorporeda aqui per referenda. La prueba de secado y limpiado 

incluve los siquientes pares: 

It 20 1. Una muestra de un paho limpiador qua esta 

siendo probado as montada sobre una superficie acalchonada de an 

trineo do muestra S (10 centimetras per 6,3 centimetros); 

2. El trineo de muestra 0 es mantado sabre Un 

25 brazo transversal 7 diseado Para atravesar el trinea As muestra 

8 a traves de on disco qiratorio 9. 
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3. El trineo de ruuestra a es pesado do manera 

que at peso coinado del trineo de muestra S y de is muestra as 

de airededor de 770 gramos; 

4. El trineo de invested S y an brazo transversal 

7 son colocados sabre un disco giratorio horizontal 9 con Ia 

muestra siendo presionada an contra de Is superficie del disco 9 

per ci trineo de rnuestra pesado S (el trineo y ci brazo 

transversal satanic colocados con Is orij.la delancera del trineo 

10 8 (6,3 centimetres do lado) justo afuera del centro del disoo 9 

con los 10 centimetros do lines central del trineo 8 estando 

colocados a is largo de one lines radial del disco de manera que 

Is onus do 63 centimetros de cola as colocada cerca del 

penimetro del disco 9; 

15 

5. 0,5 mililitros de is solucidn de prueba son 

surtidos sobre at centro del disco 9 enfrente de la oriila 

deiancera del trineo S (suficiente surfactante as agreqado at 

aqua de manera qua este deje una reticule cuando se limpia .mÆs 

20 bien qua gotas discretas. to solucibn de prueba es entregada 

desde un deposito de fluids 3 par use bombs he ruedician e fluido 

4 y score at disco a traves de is boquilla de fluids 5, unla vez 

quo ej botOn de surtido de fluido 2 Se he oprimido. Para esta 

prueba, flue usada ama solución do 0,0125 de TerqitoJ. 15 -S -is; 

25 

6. El disco 9 teniendo in diametro de alrededor 

de 60 centimesros es qirado a alnededor de 65 revoluciones per 
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ruinuto mientras qua at braze transversal 7 mueve ci trineo 8 a 

travØs del disco a mm velocidad de airededor as 1.27 

centirnetros per revoj.ucidn de mesa (come Sc pone con at selector 

de velocidad de bra 2o transve.rsai. 6) haste one la onus de cola 

as trifleD 8 usa is onus exterior del disco 9, en cuyO punto is 

prueba as detenida. Desde el mid0 at final de is pnucba some 

aproximadamente 20 segundas; 

7. El efecto de limp ieza de is muestra de prueba 

10 obre is solucion de prueba as observado durante la prueba at 

timpiar at trineo 8 a traces del disco 9, en particular is 

supericie ruojada se observó y aparece un area sense limpiada an 

el centro del disco 9 y so amplifica radialmente sobre ci disco 

9; 

15 

8. En ci memento en que is prueba es detenida 

(cuando Is onus de cola del trineo 8 pass afuera he is orilia 

del disco 9), ci tarnano del area Seca limpiada en centimetros 

cuadradas en ci centro del disco 9 as observada (Si hay aJ.guna) 

20 y se reqistra. Pars ayudar en is observacian del taiva0a del 

area sidle ci disco 9 secada y iimp–ada par is muestra de 

prueba, Se hacen linear de ruarcado circularea concentricas Sabre 

is supericie del disco 9 correspondiendo a circulos de 50, 100, 

200, 300, 400, 500, y 750 centirnetros cuadrados de manera qua ci 

25 tamaæo all area seca puede air determinado rapidamente mediante 

ci comparar visualmente �1 area seca con una lines de marcado de 

referenda de area conocida. 



La prueba se lleva a cabo beta conditioner de 

temperature constarite 
y 

do humedad relativa (23 +1- 1 grade C, 

50% do humedad relativa +1- 2%) . Is prueba Se llevó a cabo diez 

5 veces pars cada muestra (5 veocs case una can is superfine de 

toaj.J.a exterior e interior en contra de la superficie 

giratoria) . La mesa de melted es liinpiada can on pane limpiador 

con aqua destilada dos sects antes de probar otra inuestra. El 

promedio de 5 mediciones para cada muestra Cs determinado y 

10 reportado come el indice do secado de limpiado en centimetros 

cuadrados par esa superficie de is muestra one oath siendo 

probada. Las veThcidades do voateado superiores pueden 5Cr 

usadas coma una herramienta para diferenoiar entre las lecturas 

de muestra y a 0,5". Las muestras de material pueden 5cr 

15 probadas en is direccion do is mâquina (MD) y an in direcciOn 

transversal (CD) do las muestras. 

prueba de Limpiado secado (Version 2.0): Un 

aparato de prueba de secado y limpiada mejorada so ha 

20 desarrollado y Sc muestra en las figuras 13-18. El equips CS 

tuncionalmente iddntico at aparato de prueba de secado y 

limpiado usada previamente con la adiciOn de una tec.no1ogia de 

caoturacion de irnagen. El curve aparato usa luz ultravioleta, 

proporcionada per las lhmparas ultravioletas 21, para eliminar 

25 el fluido do prueba sabre is superficie del disco 9 y una cdmara 

23 pars capturar one imagen del fluido de prueba quo permanece 

sabre ci disco 9 cuando la prueba es obtenida. Una computadora 
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cargada con on software de formaciOn de irnAgefles reiacionadas 

entonces compute ci area de fluj-dn restante sabre el disco 9 

reports ci area seca sobre or diaco 9. Como tal, ci mØtodo de 

prueba niejorado proporciona una deterrninacion mas exacta de la 

5 caritidad de fluido que resta sobre la superficie del disco 9 y 

proporciona una mejor reproducción de resultados. 

La prueba of secado y linipiaclo mejorada es ilevada 

a cabo an la rnisma ruanera come as describiO arriba para is 

10 
prueba de secado y iimpiado (Version 1,0) excepto per los 

s]uientes cambios 

1) is prueba mejorada use 4 miiilitros de una 

soiuciOn de sal de sadie de fiuoresceina de 15 darter por rniiidn 

15 coma ci fluido de prueba. La soluolon se here mediante 6)-

agregar 0,285 granios de sal de sodlo fluoresceina (de Sigma-

idrich, NOmero de OatØiogo: F6377-100 granios) y 0,22 granDs de 

Tergitol 15-3-9 a 3,780 rnililitros de agua destilada. 

20 2. El iimpiador Cs dobiado en cuatro y Se 

orients en ci soporte de muestra 8 de roanera que is critic 

dobj.ada es ic primers que Se pone en contacto con ci iiquido. Si 

dob].ado er, cuatro dupiica rrkejor ci uso tipicO del lmmpiador en 

ambientes de cuarto iimpio. pars is prueba ti-pica, cinco 

25 repeticiones as lievan a card sobre cads iado de la prenda, Si 

nOmero seco del lirupiador final es ci promedio de estas 10 

repeticiones. 
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Pnta d DistribuejOn do Tarftaæo do Parot On 

esquema de distribucion de radio de pore rnuestra ci radio de 

poro an micros a is largo del eje-x y cl volumen de pore 

5 (volumen absorbido on cc do liquido/gramo de muestra Seca a ese 

intervalo de pore) a Is large del eje-y. El tamaæo de pore pcc 

Kr Pico) foe extraido de este esquerna mediante ci rnedir ci valor 

del radio de poro al valor flÆa grande de volumen absorbido de la 

distrihucian del volumen de pore cc/g) contra radio de pore. 

10 Esta distrihucion es determiriada mediante ci user Un aparato 

basado score ci meteor de place porosa reportado per Burgeni y 

Kapur on It obra Diane de Inveatigacion de Textiles volumen 37, 

356-366 (1967). El sistema as 12 version modificada del mØtodo 

de placa porosa y consiste de Una Case Velmex n6v11 

15 interconectada con on motor escalonador programable y and 

balanza electronics controlada per una computadora. On programa 

de control automAticamente mueva 12 fase a is altura deseada, 

recolecta dates como la tasa de muestree especificada hasta qua 

as alcanzado el equilibria, y despues Sc mueve a is siguiente 

3 20 altura calculada. Los parÆmetroS controlados del mØtodo 

incluyen las lased de muestreo, cniterios Para equilibrio y el 

ndmero de ciclos de absorciOn/desabsorcion. 

Los dates parE este anALisis fueron recolectados 

25 !Jsando aceite mineral (Peneteok Technical Mineral Oil) con una 

viscosidad de 6 centipoises fabricado per Penreco de los 

ngeles, California an modo de desabsorciOn. Eats as, el 



54 1U 
material fue saturada a la alters cero y in placa porosa (y is 

tension capilar efectiva sobre is muestra) fue elevada 

pragresivamente on Mason discretos qua corresponden at radio 

capilar deseado. La cantidad de liquido jalada do Is muestra 

S fue vigilada. Las lectures a cads altura fueron tomadas said 

quince segundos y ci equilibrio fue asumido comb qua habia 

alcanzado cuando el cairdio promedio de cuatro lectures 

consecutivas fue menus de 0,005 gramos. Este rnetodo estâ 

descrito an mayor detalle en is patente de Los Estados Unites de 

10 PmiOrica No. 5.69.042 otorgada a Verona. 

Ejeniplos 1 - 4 

15 

EJENPLO S 

Los Danos limpiadores de poliester telidos fueron 

usados comb el material de base para los ejernplos 1 a 4. Los 

panes lirupiadores fueron 100% de poliester be doble teido de 

filaments continuo proporcianados put Quality Textile Company, 

10  20 de Mill Spring, Carnlina del Norte (’QTC") . La tela fue una 

puntada de entrecierre de 135 grants per metro cuadrado do Un 

hilo de filamento 34/70 denier y teniendo 34 oursos y 36 

relieves. (Sate material fue usado a traves de is peseta de 

muestra y es mencionado aqui como ci "pano limpiador de control 

25 QTC") 
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Los paæos limpiadores de control QTC fueron 

saturados on varios baæos conteniendo varios agentes 

hurnedecedores coma Se detalid en is calla 2. El Surfynol 440, 

ci Surtynol 485, y ci Dynol �04 fueron obtenidos de Air Products 

5 Polymers in, de Dalton, Georgia. El Unithox 490 tue obtenido de 

Baker Petrolite, Sugar Land, Texas. 

Despues de haberse saturado, nos panos limpiadorea 

fueron puestos en on punto de presidn entre dos rodillos de hule 

10 de 38 milimetros de diametro con una separación de i,� 

milimetros entre los rodillos de un exprimidor de lahoratorio 

Atlas tipo LW-I, hecho par Atlao Electric Devices Company (de 

Chicago, Illinois) . La presiOn del punto de sujecidn tue 

controlada par peso sujetados a on brazo que aplica presiOn al 

15 roclillo superior. La presiôn tue aplicada a traves de pasadas 

de punto de pres–On repetitivas hasta qua tue Thgrada la Loma de 

humedad deseada. La toma de humedad y at agregado fueron 

caiculados usando las siguientes ecuaciones: 

20 %WPU (We, - WD)Wo) x 100 

%Agregado %WPU/100) x concentracian de bano 

an Londe, 

25 WPU = Toma de n,ojado 

Peso hümedo despues de la saturacion/sujeciOn 

a punto de presiOn 
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Peso seco de pailo Iimpiador no tratado 

Concentracion de bear Concentracan de agente 

butnedecedor en at baæo. 

5 Tabla 2: Agregado de Agent de Majado 

Ejemplo Agente de 
I4oj ado_ 

.& g) W g) I %WPU %de 
AgrJ 

1 Surfyriol 
440 

12,SS 5,51 12 0,64 
 

2 
 

Surfynol 
465  

F 13,23 5,343 147 I 0,74 

6041 
12,42 5,912 110 

__ 

P 
* Concentracdn de flaio - 0,5% 

Las muestras comparatives fueron probadas junto 

10 con las muestras de los ejernplos 1-4. El ejemplo comparativo 1 

fue Un paæo limplador de control QTC no tratado. El ejemplo 

comoaL-ativo 2 foe an pano ljmpiedor Dexwipe Vectra Alpha 10, 

coma Se vendid pro ITW Texwipe de Mahwah, New Jersey)- Los 

resultados de la prueba de secado y lirupiado (Ver.sidn 1,0) Para 

15 las ,nuestras tratadas y laboratorio de law ejemplos 1-4 y pars 

los ejemplos comparativos 1 y 2 Se maestros en is Table 3. 
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Tabla 3: Resultados de Prueba de Secado y Linpiado (Version 

1,0) para los Ejemplos 1 -4 

Ej.lQ 1 Ejemplo 2 Ejewlo 3 Ejeplo 4 Ej.11 
Coparati" 1 Cop&r&tvo 2 

MD (cm9) 166,67 50,00 75,00 75,00 0,00 0,00 

CD )] 143,75 62,50 62150 90,00 0100 0100 

Ejemplos 5 - 7 

Fn is roisma manors come Se delineO anteriormente 

para los ejemplos 1-4, los panes limpiadores de control QOT 

fueron tratados con Repel-o-tex (ejomplo 5), hydropol (ejemplo 

6), e Hydrosystern (ejemplo 7), todos obtenidos Is Rhodia, Inc., 

20 de Cranbury, New Jersey. Los paæos limpiadores fueron saturados 

on varies banos de Is misma manera come on los ejemp].os 1-4. 

Todos Its panes limpiadores de Its ejeruplos 5-7 fueron saturados 

a un nivel de agregado de 0,5%. to capacidad absorbente (aqua), 

Is transmisi6n vertical y los resultados de secado y liropiado 

15 para Østas muestras tratadas a mane Se indican en la Table 4. 

Los dates pare el ejemplo comparative 2 (per ejemplo Texwipe 

Vectra Alpha 10) estan incluidos pars comparacidn. 
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Tabla 4: Rsltados de Prueba Para los Ejeniplos S - 7 

EjeopLo 5 Ej�1 6 Ej1,Q30 7 

Capacidad capacidad 
b2t3 0.�� 

3,330 3,290 2,050 2,669 

Cap acidad 
spactfica 

2,620 

______________  

2,750 2, SOc. 2 056 

nac1ator. 15 ,r.dos 3,200 1,103 2,967 0,200 
1e11ca1 

- CO 
4,233 507 3.967 0,100 

45 aegu.idoa 5,133 5,013 4,567 0,200 

60 seundos 5,700 5,567 5,100 0,200 

TncaoaisiOc ,15 0090r.d05 2,000 3,603 2, ScO 0,100 
Vetica: 

- NO I 
4,000 6, 600 3,467 0, :31 

45 ad Id" 4,000 5,700 4,033 0,13] 

60 g]ld00 5,367 6,267 41400 0,113 

S111d, MD 01000

 
Licd,C0’! 

Comb puede verse de los resultados de prueba pars 

5 los ejemplos 1-7, comb as reportaron an lac Tablas 3 y 4, las 

muestras cue se han tratado con los  surfactantes be la presente 

invenciOn tlenen mej ores propedades me limpieza, de transmision 

y absorbentes one los panos lirropiadores no tratados similares, 

10 Ejemplos B - 11 

Los eftmplos 8-11 fueren hechos todos usando la 

miens tela de control QTC que se usa en los ejenplos 17. Los 

paros linpiadores furon tratados quimicamente comb Se detallo 

15 en la Tabla 5, en cl ciclo de enjuague del proceso de lavado 

durante an producolOn de los panos limpiadores. Los 
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surfactantes qulmicos tueron agreqados manualmente durante at 

ciclo de enjuague a travØs de la misma lumbrera usada para 

agreqar ci detergente durante el ride de lavado. El agregado 

quimico fue calculado per peso de lea panes limpiadores. Per 

ejemplo, para 45,4 kilogramos de carga de panes limpiadores, Sc 

agregaron 227 grarnos de surfactante para lograr Un aqreqado per 

peso do D,5% 

Los pafios limpladores fueron lavados per ties 

44 10 cicios de enjuaque, cads uno 4e 40 minutes do duración, can UflO 

temperatura de aqua de alrededor de 54,71 gratis C. Las patios 

Jlimpiadores fueron entonces secados an una se.cadora de cuarto 

0 

limpio par 20 a 30 minutes a una temperatura de alrededor de 66 

grados C. 

15 

Tabla 5: Resinen de los EeIRplos B - 11 

Ejemplo Qujaico (% pox peso) 

8  Surfyno]. 440 477,,06 

9 I Repei-o-tex 06  

0,06 

Dynol 504  0,06 

La capacidad abaorbente (aqua), la capacidad 

20 absorbente (IPA(, to transmisidn vertical, la tasa de 

absorbencia de aqua, la tasa de toma de aqua y los resultados de 
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0 

S 

�0 
pr’aeba de secado de limpiador pare los ejemplos S-li eatÆn 

rnostrados en le Tabla 6. Los datos pare los ejemplos 1 y 2 

cornparativos (par ejemplo, Qontrol QTC no tratado y Texwipe 

Vectra Alpha 10) Se incluyen pare corl3paraciOn. 

Pahia 6: Resultados de Pru.ba para los Ejeouplos B - 11 

S t jto 9 EjS1 8$1 R310 

I 10 11 cti’ 1 
2 

TOSS if ssg,d0s 0,550 01217 0,503 01 690 :, 253 37,977 
kbso:be,ia 

Moo  

D do ro,so seq doo 2, 26 x/S 11783 01950 

________ 

5,317 

H 
Copoidad CopaCidad 3,351 2,797 3,261 3,299 2,975 2,241 

AbOob�ot6 9bso1o11 

Capoided 2,203 1,973 2,240 2,304 2,052 0,728 

Espe1fiCa 
L als 

zepsidod b,o1oto 3,492 3,62% I 3.376 3,437 3,375 2,666 
bsobte I I I 

igo0I I C0pei1od 2, 414 1,646 2,325 2, 45 2, 327 2, 656 

Tta,Osroisibn 15 3eQI–!dS 3,333 3,567 3,033 3.100 2,83] 0.200 
Vestical - 

CD i0311 L2_!sd  4,533 4,83] 41061 11400 3,097 3,200 

45 11qI1fI. 5.400 5,567 4,700 

5,267W2,?33?

200 

6,133 6,033 5,557 5,000230 

TrnsmiOn 155e0ndeondos 2,333 3,900 2,600 2,833100ND

 

, 

65) 30 s090Cdos 3,061 4,661 3,233 3,03323345

 !UpqD33,600 5,333 3,600 4,60013360

 cc o’)doc 4,500 6,333 4,133 
5,133133506500

 MD 300,000 200,000 0,000 0,000000 
LipiodD I 

III 

cc 00,000 0,000 50,000 0,000 0.0000 j__0,030 

Como puede veree de los resultados de prueba pare 

10 los ejeonplos 8-9, cunif Se reporto en Is Tabla 6, las muestras 

que Se ban tratado con los surfactantes de la presents invenc–ón 



(a niveles agregados mas bajos) 61tuvieron Majorca propiedades be 

lirnpieza, de transrnision y absorbente que los pesos limpiadores 

no tratados slinilares. 

5 Ejemplos 12 - 16 

� 
10 

Los ejemplos 12-16 fueron producidos en Coville, 

Inc., de Winston-Salem, Carolina del Norte per Joe siguientes 

pasos de procesamiento: 

1. 100% de hue de pollster de fitamento 

continuo as tejido en uno de dos patrones pique (Suiso 0 Frances 

- yea Thbla 7) sabre una màauina de tejido circular, 

15 2. La tela tue corrida a traves We un bano 

caliente continuo en donde on detergente fun agregado Para 

limpiar los iubricantes de tejido fuera de la tela. is 

temperatura on fregado tue de alrededor de 43 grades C y Is 

velocidad a travØs deL proceso de freqado tue de 36,6 metros For 

20 rninuto. 

3. is tela blanqueada con dptioo. 

4. El terminado Hydrowick aplicado Para mejorar 

25 los atributos de tranamisiOn/absorcidn. 
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5. Terrnlnado sanitaro aplicado para atri.buto 

ant–m–crojianOs - 

6. Suavizador catiOnico agreqado para rilejorar la 

5 sensaoidn de tacto. 

7. Is Isla es cortada y abierta y teritilnada 

sobre el amazon de bastidor. 

44 10 8. El calor de secede es aplicado en ci amazon 

de bastidor a and temperatura de aproximadamente de 182 qrados 

C; la velocidad a traves del bastidor ea de aproximadamente de 

36,6 metros pot rrtinuto. 

15 9. DespuØs de salir del amazOn de bastidor, l.a 

tela as empacada en envottura de plOstico y SC envia a una 

tercera parte con la capacidad para costar los panos limpiadores 

en ci tamaæo deseado y coser las orilias del paOo kirripiador para 

minimize, la generaciOn de hilas. 

20 

10, Los panos limpiadores cortados y cosidos son 

entonces enviados a K -C en donde estos son lavados en Un cuarto 

limpio ISO class 5. 

25 111 CIclo de lavado es de aproximadamente de 30 

minutes a una tenperatura de entre 54-71 grades C. 
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12. Los paæos limpiadores son entonaes secad a 

una ternperatura de 66 grades C par 20 a 30 minutes. 

13. Una vez qua el proceso do lavada es 

completado, lea panes limpiadores son doblades empacados en una 

peflcuTh aitiestÆtica cM PVC transpare.nte usando Un sellador de 

Mario. 

On rssunlen de Uis muestras Coville Se da en Is 

fk10 Tabla 7. La Lela do control del ejamplo 12 as hizo come Se 

delineo arriba. Los ejemplos 13 a 16 tambien fueron hechos per 

e1 proceso deljneado arriba, pere con la onisidn de los pasos de 

procese 4, 6 y 7. 

S 

15 Tabla 7: Resumen de los Ejonplos 12 - 16 

1emplo Patron do Tejido Denier/Filaaonto Curos/Re1ievas 

L12 Control (15206) 75/72  64/40 

Les

Pran210 

(2ces,
 

70/100  60/40 
F1413

 

Pran 
puntada

 
suelta (2222) 

70/100 56/40 
 

15  70/100 60/40 

16 

j8uizo?122G9)u  

iz  puntada 
elt  22?1}  

70/100 56/40 

La capacidad absorbente (aqua), capacidad 

absorbente (IPA), Is transrnisidn vertical, la toss do 



absorbencia de aqua, la said de toma de agua y los resultados de 

prueba de ]Jmpiado seco para ass ejenclos 12-16 estàn mostados 

en Ia tabla B. Los datos para ci ejemplo comparatvo 2 (por 

ejemplo, Texwipe Vectra Alpha 10) estan incluidos para 

5 conparaclon. 

TaMa S Reaultados Us Pruqba para Jos Ejemptos 12 - 1� 

Rj10 Ej�1 gjlo E10 jp1 IC 
12 13 14 is 

C, 660 1,027 2,143 0,557 0, 403 27,937 

do Agl5 

Th56 36 roo 

______ _______ ______ 

seq dos 3,598 

______ _______________ 

5. tI J 
04  

capsoidad capeoSded 3,723 1.954 3,365 2,690 3,266 2.141 
Ab0o–ote 51)401015 

(0) _______ _______________________________ _______ ______ 

capacidad 2,355 1,065 2,115 1,990 2,212 1,120 
EspecVica 

cepacidad Absoloto 4,462 3,642 3, 916 31436 3920 2,669 
0b5o1be cc e 

)aqoa) EspeciOlco 21663 2,442 2,665 2,367 2)566 2,056 

Tsaoomisioo IS segocdoo 1.651 3)111 3,500 2,567 3,500 0,200 
Vectical - 

__  

SD Los) SC seoundos 4,000 41500 5,500 3,6004,167 ?e 20D 

45 scoondos 4,633 5,561 5,933 4,5675,047 200 

63 oeondos 5,333 61133 6,230 5,333 

______0, 

6,600 3,100 

T", ?ntlslbL 15 Se ondos 31000 3,661 3,002 2,22_2,000 0, 000 ______ 

No Los) 30 sundoS 6,161 4.700 5,000 3,867 5,000 0,133 

4536 ondos 4,987 5,705 5,000 0,733 5,933 0,133 

60 Se ondos 5, 683 6,400 6,100 5,033 0,700 0,133 

Seosdo MD 305,000 1000,00 1020,00 3000, 1.0 1100,00 0,000 

SD 305,0 1000,00 3000,00 10.00,01 1010,00 0,000 

10 Coma pusde verse as los resultados ole prueba para 

los ejejoplos 12-16, coroo Se reportó en  Is rabla B, loo paæo 

limpiadores hechos par is modificacidn ole los fliamentos, 
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denieres, cursos y relieves comb so clescribia por to presente 

invention, tuvieron una major capacidad que ci paæo limpiador 

comparativo no moditicado. 

5 EJfl4PLOS 17 - 24 

In prueba adicional fue llevada sobre los ejemplos 

8, 9 y 10. En forma similar, cuatro ejemplos adicionales fueron 

preparados y probados en la misma manera: el ejemplo 18 fue to 

10 tela de control QTC tratada con Repel-o-teX a Un nivel agregado 

de 0,5%; el ejemplo 18 fue to tela do control QTC tratada con 

Hydropol a an nivel agregado e 0,5%; eJ. ejemplo 19 es 15 tela de 

control QTC tratada con Unithox 490 a an nivel agregado de 0,5%; 

It ejemplo 20 es is tela de control OTC tratada con Surfynol 440 

15 a u nivel agregodo de 0,5%. 

Las muestras tambithn fueron preparadas con 

surfactantes convencionales a niveles agregados comparables a 

los ejemplos preparados con los surfactantes de la presents 

20 invenciOn. El ojemplo 21 the It control QTC tratado con Milease 

T, de ’CI Acreritas, Inc., a an nivel agregado de 0,061- El 

eiemplo 22 fue ci mismo que ci ejemplo 21, pero at Milease T 

estuvo a urt five1 agregado de 0,5%. £1 eetttplc 3 fue ci control 

QTC tratado con synthrapolk KB de Uniquema {New Castle, 

25 Delaware a Un nivel agregado do 0,06%. El ejemplo 24 fue el 

control QTC tratado con Tween 85LM, de Uniquema, a on nivel 

agregado do 0,06%. 



LOS ejeinplos comparativos fueron probados 

sirailarmente. Como antes, ci ejeruplo comparative 2 fue an pao 

lirnp–ador Texwipe Vectra Alpha 10, come se vendiO per UO 

I5 Texwipe U4a)iwah, New Jersey)- El elemplo coniparativo 3 fue Un 

I pap.o limpiador Milliken Anticon 100 come in vendio per Milliken 

I 
& Company (de Spartanburg, Carolina del Our) El ejemplo 

comparative 4 tue el pano limpiador Contec Polywipe Light cotno 

as vencid per Santee, tnc. (de Spartanburg, Carolina del sufl 

4
 

10 El. ejemolo comparative 5 tue in patio iimpiador Berkshire 

Ultrascal 2000 conic Se vendia per Berkshire Corporation (Great 

I Barrington, MA) 

Todas las muestras fueron prohadas con at aparato 

15 de prueba do iimpiado y secede (Version 2,0) y la misrna 

metodoiogia. Adicionalmente, la transmision vertical, is 

capacidad absorbente y Is eficiencia de liropiado dinamico fueron 

prcbadas para cats muestra. Los resuitados de prueba estÆn 

resumidos on las Tahias 9, 10 y.J2. 

20 
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Thbla 9 

jlQ EjwL Ej.1Q 23e1, 10 
17 19 1 20  

0,06 0,5 0,5 0,5 0,06 0,05 0.06 

epidd capocldad 3,020 3,720 3,230 3,566 3,492 3,470 3 319 
A000luta 

Capaidad 2,546 2,550 2,262 2,455 1,434 2,310 2,315 
Epo1fi 

a0s7fttst0n 35 3,561 4,000 3,600 3,333 3,3333,000 3,033 
Votta1  

CD  
3D 1,933 5.900 4,a00 4.500 4,533 5,000 1,061 

45 5,567 6.767 5,800 3.261 5,400 5,903 4,130 

60 5,933 ’3,400 6,400 6,033 6,333 6,600 5,567 

Trar.a!SisiOSS 35 3,600 4,000 3,100 3,500 2,333 3,500 2,600 
Vertical - 

MD 30101 

33 4,661 5,500 4,900 4,560 3,061 41800 2,233 
do a 

45 5,333 6,500 5,630 5,500 3,900 5,600  
segwdoo  

60 6,333 7,500 

___________ 

6,300 

___________  

6,100 4,500 5,20 4,133 
"2"d"  ____ 

Liaplado 01r2 511 930 591 869 153 661 193 
____ 

ESieie,(eia 
Ia Liopad 93 95 � 94 94 95 91 90 



I 

Tabla 10 
f:)4 

jTh 21 £j1 22 g310 23 Eje11 24 

0,06 015 0,6  

Capacidad 
Absorben;e 

Capat:dad 
Aba1uta 

31311 3.323 3,436 31 173 

Capacadad 
EapeCtt2ca 

2,351 1,316 2, 366 2,211 

Tai6ô 15 aegundoa 2,603 4,090 2,261 2,200 
- 

Z0 �:c3( 130 seoundos 3,300 5,500 3,100 3,500 

45 aegu(flu 41400 6,267 3,963 41333 

60 adu 5,000 7,063 41667 4,700 

Tra6s.)j.siO 15 aagu(,du 2,300 4.300 31033 2,000 
VOrtical - 

MU 30 segu.idos 3,233 5,253 1,900 2,633 

45 segwdos 4.100 5,933 2.100 3,500 

60 aag’dOs 4.100I 6,163 3,167 31967 

Lipiad' 

LI!’ v2.0  
co2001 911 190 753 

I Efici,cia 
Ida Liapiadu 

Q!naE0iCQ  
6 93 

_______________  

92 35 05 

Tabla 11 

CapaCdad 2,669 3.686 2,327 41530 
bcba ba1uta 

Capacidd 21356 3,469 21015 31233 
Ep�ctfita 

Tajj6(, 35 sagur.dos 0,100 2,500 2,600 3,900 
- 

3D ;C) 33 segundos 0,100 3 33 31663 5,000 

45 69o1do5 0,200 3,967 4333 51633 

60 sodos 0,200 4,500 4,567 6,033 

TaisióD 15 f.,uod1l 0,100 1,633 3,000 3,600 
Vestical - 

00 ices) 30 segundos 0,133 31800 3,967 4,933 

45 5emDdo 0,133 4,263 4,533 5.563 

60 segu],dos 01133 4,533 5,233 6,233 

L3aiado Ce2 309 633 , 824 
ace, V2.3 

eDcia 
de Lalpiado 65 90 60 61 

Diesaesicc 
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Coma Se mostrô en Las Tablas 9, 10 y Li, are 

ejemplos usando los surfactantes de la presente invencicin 

demostraron resultados de prueba en saco de limpieza deseados 

con niveles agrepados de 0,06 y 0,5%. La capacidad de limpiado 

seco, usando La prueba de limpiado seco mejorada (version 2,0), 

tue mayor as 760 centimetres cuadrados pars La mayoria de los 

ejemplos usando Los surfactantes de La presents inversion con La 

mayoria de los cOdigos teniendo una capacidad de limpiado seco 

10 mayor de 860 centimetros cuadrados. Adicionalmerite, La 

capacidad cia limpiado eco as confirmada direcoianalmente por La 

eficiencia de limpieza dinamica In cual. fue mayor de 91% earn 

todos los ejemplos probadoa teniendo Los surfactantes as is 

presente invenciôn. 

15 

Los ejemplos usando los surfactantes do Ia 

Presents inversion tuvieron una capacidad do lirupiado sera 

mejorada usando La prueba de limpiado seco, version 2,01, 

transmisiOn vertical 31 eficiencia de limpieza dinainica que Los 

10  20 ejemplos comparatives. La prueba de LilrLpiado pall secar usando 

La prueba do limpiado seco mejorada (VersiOn 2) rnostrO 

direccionaimente Los mismos resultados qua Los rnosttados con Is 

prueba de lines lads seco usada previamente (Version 1,D). 

25 Adioionalmente, alqunos cia Los ejemplos usando los 

surfactantes de La preserite irivenCion tuvieron una major 

capacidad de limpiado SCCO, de transmisiOn vertical y or 



eficlencia de iimpiado dinâmico 
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 los ejemplos hechos con 10 

surfactantes convencionales. Dos de los ejemplos (ejemplos 21 

22) usando un surfactante convencional (Milease T) tuvieron 

buenos valores de limpiado seco. Sin embargo, la prueba de ion 

extraible y particula mostrO que estos ejemplos hechos con los 

surfactantes convencionales tuvieron ya sea cuentas de 

particulas superiores a jones extraibles superiores que 

cualquiera de los ejemplos hechos con los surfactantes de is 

presents invenciOn a los ejemplos comparativos. Un resunlen de 

10 Ia prueba de djstribucjan de tarnano de paso y de ion extraible, 

particulas para los ejemplos usando el surf actante estO mostrado 

en is Tabla 12. Un resumen de estas mismas pruebas hechas sobre 

los ejemplos comparativos estA mostrada en la Tabla 13. 

I] 
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Tatla 12 

71 

Ej.lhplo 17 Zjemplo 20 Ejeaplo 21 Ejemplo 22 

31,L2 
8,92aiaflte 

itaciOp. 

[Particulas

ticuiaa/m1 

10’) 

Innea Na 0,4370 0,320 1 1,0200 
extraibles 

ppm  

Tones K 0,3430 0,1520 0,9330 
ext raibles 

(PPM)  

Innes Cl 0,5690 0, 1420 0,4320 
extraibies 

(pp’)  

i be Poros 0- 14,39 8,19 
20  

be Poros 0- 31,19 17,06 
40 micro,  

be Poros 43,8e 48,76 
60 - 0 raicras  
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Tab].a 13 

Zjttpzo s1  EjempTh 
COmmarM-i., 2 Ctaarati. fl Comnarativo 4 Comoarativo 5 

particulas 4,17 7,1 65 12 
iiiediante 
agitación 
biaxial 

(particuias/n’ 
x 10) 

tones N, 01151 0,19 8 0,049 
ext raibles 

tones a 0,117 0106 0,036 
ext raibies 

ppm)  

’ones Cl 01161 0,24 3 0,009 
extraibres 

pp’) ______________ ____________ _______________ 

Le Poros 0- 0,00 1,44 8,32 9,34 
20 micras 

de Poros 0- 3194 2,16 12,44 19,37 
0 micras 

de Poros 6,31 2,16 30,08 47,54 
60-160 micrar  ________________  

Coma puede verse de las Tablas 12 y 13, los 

ejemplos ilustran el paæo J.impiaclor de la presente invenCiÆn V 

5 teniendo ci nivel deseado de capacidad de limpiada seco, tambien 

fttuvo la distribucian de tamanO be pore daseada. A saber, un 

porcentaie mayor de pot-os tenieado un tamaflo de nenos be 20 

micras estÆ presents que en lo enoontrado en los ejemplos 

comparatives. Como as preferido para lob paflos limpiadores de 

10 la presente invencidn hay entre y 25% he los polls son de un 

tamano be menDs de 20 micras y de entre 30 y 50% de los pot-Qs de 

un rango be tamaæo de entre 60 y 160 micras. 
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Los iimpiadores de los ejemplos 12-16 tambn 

fueron probados usando Is prueba de limpiado Seco mejorade. 

Adicionailnente, La eficiencia de limpieza diriÆntica, la 

transmision vertical, la capacidad absorbente, la prueba de 

distribucion de tamao de poro, Las particuies y jones 

extraibles tarnbiØn tueron prohados respeco de cads uno de lOS 

ejempios 12-16. Un resumen de los resuitados de prueba se da en 

Is Tabla 14. 



Tabla 14 

Ej1o_12 Sjs19_13 Ejs1o_14 Ee1o_1 5 RJ’aP11 15 

Copcidad Cpidad 4,402 3,642 7,0:6 3,486 3 920 

101b60te 0boTht J2 
0guaJ 

I Cpidd 2,663 2,442 2,665 2.367 2,666 
Ep61fica 

T:,0i316o 2,067 3.133 3.500 2,561 3,500 
- 

_5_fla_ 

CO ;co) 4,000 4,50�3 5,500 3,600  _39  

undo1 4,573 5,561 5,933 4,561 5,061 

60 5,333 6,333 6,200 5,333 6,500 

TraRsrniflol I 1 3,000 3,601 3,000 2)933 3,000 
Vert :cal - 

(40 101a) 4,361 4,100 5,000 3,067 51000 _2_a!jod0s 

4,961 5,100 6,000 0,733 5,032 ,5Jg0S 

60 9630nio7 5,661 6,400 6,700 5,633 6,103 

:iopiado 01,2 716 070 990 965 960 
3000, 02.0  
rLcieocio 
’1� molpiado a 93 61 62 63 

Oifiarnioo 

6 ad ?O001 9 14,53 23,35 26,06 24,14 15,11 
0-22 OiOaa  

de Poos 6 43,05 10,50 43,96 35,61 4:,05 
0-46 oaLoras  

6 d6 P0O3 6 32,46 36.32 27,74 43,33 34,25 
60- 160 
0 5£ 

P.rti,,lad Particulao/ 20,4 tS, 5 
oledicote 0 X 50e) 

agiteoioo, 

1005, 015 PPOI 2,260 0,376 
el)ttetble, 
I-    ___ 

30063 K pp:a 0,096 0,111 
e I, S La b15 S 

ippall  

30065 01 P200 2,690 1,060 

Como Se discutió previaroente, os paxios 

5 Umpiadores de los ejemplos 12-16 fueron producidos usando los 

inetodos de mocjificaoión de tela de 1a invenoiOn para lograr la 
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distribucion de tarnaæo de poro deseada de is –nvención y 

subsecuentemente is capacidad de iirnpiado seco deseada. Como 

puede verse de los resultados do is Tabia 14, las estructuras 

modificadas de los ejempios 13-16 tuvieron rnejores propiedades 

5 de limpiado seco y de transmisian en comparacion a is tela de 

control (ejemplo 12) . Adicionainiente, comb Se esperÆ los panOs 

lmmpiadores de puntada mao suelta Kejempios 14 y 16 tuvieron 

una niejor capacidad de limpiado seco y transjnision en 

comparacian a los panos limpiadores de puntada mas apretada 

10 correspondientes (ejempios 13 y 15) - 



0 
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-F 
REIVINDICACIONES 

1. Un pane limpiador para usarse en un ambente 

de cuarto lirapia qua comprende: 

Un sustrato tejido de filamentos sintØticos 

continuos, an donde el sustrato tiene una superficie en donde el J 
sustrato Ees adecuado pan usarse en Un airHente de Cuarto 

rimpic, >r 

Un surfactante presents sobre la superficie del 

sustrato tejido. 

2. El paæo limpiador tal y comb Sc reivindica en 

15 ia clAusula 1, caracterizado porgue el surfactante es 

V seieccionado del grupo qua consiste de surfactantes gemini, 

agentes de humedecirniento polimericos 
y 

oiigameros 

funcionalizados - 

20 3. limpiador El pano tal y come Se reivindica an 

una cuaiquiera de las ciÆusuias precedentes, caracterizado 

porque ci surtaotante estÆ presente en una cantidad agregada de / 

0,5% 0 menos, y preferibiemente de entre 0,06% Y 0, 5%, basado 

sobre ci peso del sustrato tejido. 

25 

. El pane limpiador tal y coma Se reivindica en 

una cuaiquiera de las cJ.âusuias precedentes, caracterizado 
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03 
porque el pare rtrxpiactor tiene una capacidad de transinisión 

vertical a 60 segundos dc S oentimetros o mayor. 
/ 

S. El patio limpiador tal y como Se reivindica on 

5 una cualquiera de las clâusuits precedentes, caracterizado 

porque el paæo limpiador tiene un contenido de iOn extraible do V 

menos de 0,5 partes pot miliOn dc sines Na, de meets de 0,5 

partes pot miilOn de jones K, y de memos de 0,5 partes por 

rnillOn de jones Cl. 

� 
10 

5. El paæo limpiador tal y couo Se reivindica en 

una cualquiera de las clausulas precedontes, caracterizado/ 

porque ci pano limpiador tiene 30 x 10 particulas pot metro 

cuadrado 0 menUs, madiante prueba do aQitacidn biaxial UZ07 R?-

15 CC00,3, Secciôn 6,1,3) 

1. El patio limpiador tal y como Se reivindica on 

una cualquiera de las clausulas precedentes, caracterizado/ 

porque el paæo limpiador tiene una eficiencia de iirnpieza 

20 dinamica de 91 0 mS. 

8. El pao limpiador tal y como Se reivindica en 

una cualqusera de las clAusulas precedentes, caracterizado / 

porque ci pano limpiador tiene una capacidad Is rimpieza art seco 

25 dc 760 centimetros cuadrados o mÆs y preferiblemente de 850 

centjmetros cuadrados 0 mÆs. 
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9. El paa limpiador tal y comb Se reivindlca en 

una cualquiera de las olâusulas precedentes, caracterizado 

porque ci suscrato tejido comprende filamentos de pollØster 

continuos. 

10. El paæo limpador tal y cons So reivindica 

on una cualquiera de las clusulas precedentesf caracterlzado/ 

porque ci surfactante as Un surfactante gemini. 

40 10 11. El pano limpiador tal y coma Se reivindica 

en una cualquiera de las clusulas precedentes, caracterizado 
/ 

porqLle el limpiador tiene una estructura telida con una 

distribucidn de tamano de pore en donde 5 a 25 de Los pores son 

de un tamaho de 20 mioras o menDs, y an donde 30 a 50% de Los 

10 pores son de Un tamano en ci range de desde 60 micraS a 160 

micras. 
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R ES UM EN 

Este descrito un patio limpiador para usarse en un 

arnbente de cuarto liznpio hecho de filainentos sinteticos 

5 continuos tejidos. El limpiador tiene un surfactante agreqado a 

la superfine del sustrato tejido. El linipiador tine tin, 

capacidad de timpieza mejorada, y Las bajas g Lone extraibies 

bajos haciendolo adecuado pars udarse en ambientes de cuarto 

Umpio criticos. 

U 
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